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halbleiterbauelement*testgerAt und 

5 TESTTABLETT 2UR VERWENDUNG IN DEM TESTGERAT 



Technisches Geb\^% 

10 

Die voriiegende Erfindung bezteht sich auf ein Halblelterbauelement*Testger3t das zum Testen 
von integrierten^ typische Beispiele fur Halbleiterbauelemente darstellenden Halbfeiterschaltungs- 
elementen geelgnet ist, und betrrfft insbesondera ein Halbleiterbauelement-Testgerat eines Typs, 
bel dem Halbleiterbauelemente zu einem Untersuchungsabschnitt oder Testabschnitt transportiert 

u werden, in dem sie hinstchtlich ihrer elektrischen Bgenschaften getestet werden, wonach sle 
dann aus dem Testabschnitt heraus transportiert werden und anschlie&end in ausleguhgskon- 
f omie Artikel und nicht auslegungskonfomie Artlkel auf der Grundlage der Testergebnisse sortiert 
werden. Femer bezieht sich die Erfindung auf ein Testtablett zur Verwendung in dem IC-Tester, 
bei dem ein Tablett in umlaufender Weise entlang eInes vorbestimmten Transportpfads bewegt 

30 wird. 



Stand der Technik 

2$ Mit vielen Halbleiterbaueiement-TestgerSten (ublicherweise ats IC-Tester bezelchnet), die zum 
IMessen der elektrischen Eigenschaften von zu testenden Halblelterbaueiementen (Qblicherwelse 
als OUT ("Device Under Test", d.h. Im Test befindliches Bauelement) bezeichnet) unter Aniegen 
eines ein vorbestimmtes Testmuster aufweisenden Signals an die Bauelemente ausgelegt sind, 1st 
eine Hatbleitertransport- und Handhabungseinrichtung (Bearbeitungseinrichtung) (ublicherweise 

30 als Handhabungseinrichtung bezeichnet) in integraler Welse enthalten, die zum Transportieren 
von Halbleiterbauelementen zu einem Testabschnitt, in dem sie in elektrischen Kontakt mit 
Bauelement-Sockein an dem Testkopf des Testgerats (mit einer Komponente des TestgerSts, die 
zum Zufuhren und Empfangen von unterschiedtichen elektrischen Stgnalen fur TesUwecke dient) 
gebracht werden, und zum anschile&enden Transportieren der getesteten Halbleiterbauelemente 

3s aus dem Testabschnitt sowie zum Sortieren derselben in auslegungskonfomrte und nicht 
auslegungskonforme Bauelemente auf der Gaindlage der Testergebnisse ausgelegt ist. Das 
Halbleiterbauelement-Testgerat, das mit der integriert vorgesehenen Handhabungseinrichtung des 
vorstehend beschriebenen Typs ausgestahet ist, wird hier einfach als "IC-Tester" bezeichnet. In 
der nachfolgenden Beschreibung wird die voriiegende Erfindung zum Zwecke der Vereinfachung 

40 der Beschreibung unter Bezugnahme auf als Beispiel dienende integrierte Halbleiterschaltungs- 
elemente (diese werden im folgenden als ICs bezeichnet) eriflutert, die typische Beispiele fur 
Halbleiterbauelemente darstellen. 



eepiQff 



^.«.::.-U-.:- - ::50^ 198 81 i27 Tl 



99/70800 WO DE 



I 



• • * 



ADVANTEST CORPORATION 2 99/70800 WO DE 

PCr/JP98/0297g 



Zunachst wird der allgemeine Aufbau eines Beispiets eines hefkommlichen Halbleiterbaueiement- 
TestgerSts (dieses wi'rd im folgenden als IC-Tester bezeichnet) unter Bezugnahme auf Fig. 1 1 
erfiuteit. 

s Rg. 1 1 zeigt eine Draufsicht in der der allgemeine Aufbau des IC-Testers zusammen mit einer 
Mehrzahi von Testtabletts 3 innerhalb einer Anpassungskammer 41 und einer Auslallkammer 5 in 
perspektivlscher Ansicht dargestellt ist. Zusatzlich zu einer Konstanttemperaturkammer 4, die die 
Anpassungskammer 41 und einen Testabschnitt 42 enthSIt und der Ausla&kammer 5 (auch als 
zur Beseitigung der Wdrme/Kilte dienende Kammer bezeichnet) wetst der dargestellte IC-Tester 

to einen Lagerabschnrtt 11 zum Legem von Unrversahabletts 1 (auch als Kundentabletts bezeich- 
net)* die mit zu testenden ICs bestQckt sind, und von Universaltabletts 1, die mit bereits 
getesteten und sortierten ICs bestQckt sindr einen Beschlckungsabschnitt 7, in dem zu testende 
ICs von den Universaltabletts (Kundentabletts) 1 umgesetzt und auf ein Testtablett 3 aufgebracht 
werden, und einen Entladeabschnitt 8 auf, in dem die getesteten ICs, die auf dem Testtablett 3 

IS durch die Ausia&kammer 5 im Anschiu(^ an die DurchfOhrung eines Tests in dem Testabschnitt 
42 der Konstanttemperaturkammer 4 nach au&en heraus transportiert worden sind, von dem 
Testtablett 3 auf das Universaltablett 1 transportiert werden, urn auf das tetztgenannte Tablett 
umgesetzt zu werden. Der Entladeabschnitt 8 ist generell so aufgebaut, dad getestete ICs auf der 
Grundiage der Daten der Testergebnisse sortieit und diese auf die zugeordneten Universaltabletts 

20 aufgebracht werden. Die Anpassungskammer 41 der Konstanttemperaturkammer 4 Ist dazu 
ausgelegt, Temperaturbelastungen mittels einer vorbestimmten hohen oder niedrigen Temperetur 
auf im Test befindllche ICs auszuuben, die in dem Beschlckungsabschnitt 7 auf ein Testtablett 3 
aufgebracht worden sind. Demgegenuber ist der Testabschnitt 42 dazu ausgelegt« elektrische 
TestvorgSnge bezuglich der ICs auszufuhren, die unter der vorbestimmten, in der Anpassungs- 

2j kammer 41 ausgeubten Temperaturbelastung stehen. Damit die ICs, auf die die entweder durch 
die vorbestimmte hohe oder durch die niedrige Temperatur hervorgerufenen Temperaturbean* 
spruchungen ausgeObt werden, wahrend des Tests bei dieser Temperatur gehalten werden, sind 
sowohl die Anpassungskammer 41 als auch der Testabschnitt 42 in der Konstanttemperatur- 
kammer 4 enthalten, die imstande ist, die innenatmosphSre bei einer vorbestimmten Temperatur 

n zu halten. 

Der dargestellte IC-Tester tst so ausgestaltet, daft die Anpassungskammer 41 und der Testab- 
schnitt 42 der Konstanttemperaturkammer 4 und die Ausla^ammer 5 in dieser angegebenen 
Reihenfolge von links nach rechts gemaa der Darstellung in der Zeichnung angeordnet sind (diese 

35 Richtung wird im folgenden als X-Achsenrichtung bzw. Richtung der X-Achse bezeichnet), 
wohingegen der Beschlckungsabschnitt 7 und der Entladeabschnitt 8 vor der Konstanttempera- 
turkammer 4 und der Ausla&kammer S engeordnet sind (d.h. unten bei der auf warts und abwarts 
weisenden Richtung gemdQ der Darstellung in der Zeichnung (diese Richtung wird im folgenden 
als Y-Achsenrichtung bzw. Richtung der Y-Achse bezeichnet), die rechtwinklig zu der Richtung 

40 der X-Achse verlSuft, Wie aus Rg. 1 1 ersichtiich ist, ist der Beschlckungsabschnitt 7 vor der 
Anpassungskammer 41 der Konstanttemperaturkammer 4 angeordnet. wohingegen der Entlade- 
abschnitt 8 vor dem Testabschnitt 42 und der AuslaBkammer 5 angeordnet ist. 
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Das Testtablett 3 wird in umlaufender Weise von den) Beschictcungsabschnitt 7 sequentiell durch 
die Anpassungskammer 41 und den Testabschnitt 42 in der (Constanttemperaturtcammer 4, die 
AuslaBkammer 5 und den Entladeabschnitt 8 und zurOck zum Beschickungsabschnitt 7 transpor- 
tiert, Auf diesem umlaufenden Transportpfad ist eine vorbestimmte Anzahl von Testtabletts 3 
5 angeordnet, die aufelnander folgend durch eine nicht gezeigte Testtablett-Transporteinrichtung in 
denjenigen Richtungen bewegt werden, die in Fig. 11 durch dictce schrag schraffiarte Pfeile 
angegeben sind. 

Ein Testtablett 3, das in dem Beschickungsabschnitt 7 mit im Test befindlichen ICs bestOckt 
to worden ist, wird von dem Beschickungsabschnitt zu der Konstanttemperaturkammer 4 transpor- 
tiert und dann zu der Anpassungskammer 41 durch eine BnlaQoffnung geleitet, die in der 
vorderen Wand der Konstannemperaturkammer 4 ausgeblldet ist. Die Anpassungskammer 41 ist 
mit einer Vertikaltransporteinrichtung ausgestattet, die so ausgebildet ist da8 sie eine fViehrzahl 
von Testtabletts 3 (beispielsweise 5 Testtabletts) in der Form eines Stapels mit vorbestimmten 
IS Abstinden zwischen aufelnanderfofgenden Tabletts halten kann. Bel dem dargestellten Belspiei 
wird ein Testtablett, das neu von dem Beschickungsabschnitt 7 zugefOhrt wird, an der Oberseite 
des Stapels angeordnet^ wohlngegen das unterste Testtablett zu dem Testabschnitt 42 geleitet 
wird, der sich auf der iinken Seite (stromauf befindlichen Seite) in Richtung der Achse X 
anschiiefit und der mit dem unteren Abschnitt der Anpassungskammer 41 in Verbindung steht. 
30 Es ist damit ersichtlich, da8 die Testtabletts 3 in einer Richtung heraustranspordert warden, die 
rechtwinklig zu derjenigen Richtung verlSuft, in der die Testtabletts eingefuhrt worden sInd. 

tm Test beftndliche ICs werden entweder einer vorbestimmten hohen oder einer niedrigen 
Temperaturbeanspruchung ausgesetzt, wdhrand das zugehdrige Testtablett 3 sequentiell von der 

35 Oberseite bis zu dem Boden des Stapels durch die vertikal nach unten gerichtete Bewegung der 
Vertikaltransporteinrichtung transportiert warden (die vertikale Richtung wird hier als die Z- 
Achsenrichtung bzw. Richtung der Achse Z bezelchnetK und auch wahrend der Wartazeitdauer. 
bis der Testabschnitt 42 geleert ist. In dem Testabschnitt 42 ist ein nicht gezeigter Testkopf 
angeordnet. Das Testtablett 3, das jeweils eines nach dem anderen aus der Konstanttemperatur- 

30 kammer 4 heraustranspordert worden ist, wird an dem Testkopf angeordnet, wobei hier eine 
vorbestimmte Anzahl von ICs aus den Im Test befindlichen und auf dem Testtablett angeordne- 
ten ICs mit Bauelementsocketn (nicht gezeigt), die an dem Testkopf angebracht sind, in elektri- 
schen Kontskt gebracht werden. Nach dem Abschlu8 des Tests bezugiich afler auf einem 
Testtablett angeordneten ICs mittels des Testkopfs wird das Testtablett 3 nach rechts (stromab) 

» in Richtung der Achse X zu der AuslaGkammer 5 transportiert, in der die getesteten ICs von der 
warmen oder kalten Tamperatur befreit werden. 

Gleichartig wie die vorstehand beschriebene Anpassungskammer 41 ist auch die AusiaBkammer 
5 mit einer Vertikaltransporteinrichtung ausgestattet, die zum Halten einer i\/lehrzahl von 
40 Testtabletts 3 (beispielsweise funf Testtabletts) in jeweils aufeinander gestapelter Wqisq mit 
vorbestimmten Abstdnden zwischen den Testtabletts ausgeleeft ist. In dem dargestellten Beispiel 
wird ein Testtablett, das nau von dem Testabschnitt 42 zugafOhrt wird, an der Bodensaite des 
Stapels angeordnet, wohtngegen das oberste Testtablett zu dem Entiadeabschnitt 8 ausgetragen 
wird. Die W§rme oder Kalte wird von den getesteten ICs abgafuhrt, so da& diese auf die 
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au&enseitige Temperatur (Raumtemperatur) zurQckgebracht werden, wahrend das zugehdrige 
Testtablett 3 sequentiell von der Bodenseite bis zu der Oberseite des Stapals durch die verdkal 
nach oben gerichtete Bewegung der VertUcattransporteinrichtung transportieit wird. 

s Da der IC-Test ublicherweise bezuglich ICs durchgefQhrt wird, auf die in der Anpassungskammer 
41 eine gewunschte Temperaturbaanspruchung ausgeubt worden \st, die in einem breiten 
Temperaturtereich von -55^0 bis +125'='C liegt werden die ICs in der Ausla&kammer 5 minels 
zwangsweise umgewilzter Luft auf die Raumtemperatur herabgekflhit, falls die ICs in der 
Anpassungskammer 41 auf eine hohe Temperatur von belspielsweise ungefahr 120^C gebracht 

10 worden sind. Falls die ICs in der Anpassungskammer 41 auf eine niedrige Temperatur von 
beispielsweise ungefShr -30 °C gebracht worden sind, werden sle in der Austafikammer 5 mit 
erwdnnter Luft oder durch einen Helzer bis auf eine Temperatur erwdmnt, bei der keine {Conden- 
sation auftritt. Da hierbei auch ein Testtablett 3, auf dem zu testende ICs aufgebracht sind, 
einem solch breiten Temperaturbereich ausgesetzt wird, werden ublicherweise Testtabletts 3 

15 eingesetzt, die aus einem f\^aterial hergestellt sind, das hohen Temperaturen von beispielsweise 
125^0 und niedrigen Temperaturen von beispielsweise -55*^0 widerstehen kann. Jedoch gibt es 
vieie Falle, bei denen der IC-Test bezOgltch ICs durchgefOhrt wird, die sich bei der normalen 
Temperatur Oder Raumtemperatur befinden. In solchen Fallen muB das Testtablett 3 nicht aus 
einem Material hergestellt sein, das solchen hohen/niedrigen Temperaturen widerstehen kann. 

30 

Nach der Beseitigung der Wdrme oder der KSIte wird das Testtablett 3 in derjenigen RIchtung 
transportiert (zu der Vorderseite der Ausla&kammer 5 weisend), die rechtwinklig zu der Rtchtung 
verlSuft, mit der es von dem Testabschnitt 42 eingefuhrt worden ist, bevor das Testtablett dann 
aus der AuslaBkammer 5 ausgetragen und zu dem Entladeabschnitt 8 transportiert wird. 

25 

Der Entladeabschnitt 8 ist so ausgelegt, da& die getesteten und auf dem Testtablett 3 befindii- 
chen ICs auf der Grundlage der Testergebnisdaten in Kategorien bzw. Klassen sortiert werden 
kdnnen und die ICs auf die zugeordneten Universaltabtetts transportiert werden. Bei diesem 
Beispiel ist der Entladeabschnitt 8 so ausgelegt, daQ das Testtablett 3 an zwei Posidonen A und 

30 B angehalten werden kann. Die auf den Testtabletts 3, die an der ersten Position A und der 
zweiten Position B angehalten sind, befindlichen ICs werden auf der Grundlage der Daten der 
Testergebnisse sortiert und auf die Universaltabletts der entsprechenden Kategorien transportiert 
und in diesen gelagert. wobel sich diese Universaltabletts im Ruhezustand in den fur die 
Universaltabletts vorgegebenen Sollpositionen (Anhaltepositionen) 12 befinden. Bei dem 

39 dargestellten Beispiel sind vier Universaltabletts la, lb, 1c und 1d vorhanden. 

Das Testtablett 3, das in dem Entladeabschnitt 8 geleert worden ist, wird zu dem Beschickungs- 
abschnitt 7 zurQcktransportiert, in dem es emeut mit zu testenden ICs von dem Universaltablett 
1 beladen wird, wobei die gleichen Arbeitsschritte dann wiederholt werden. 

Rg. 12 zeigt den Aufbau eines Ausfuhrungsbetspiels eines Testtabletts 3. Das Testtablett 3 
weist eInen rechteckfarmlgen Rahmen 30 auf, der eine Mehrzahl von mit gleichen AbstSnden 
angeordneten parallelen Leisten 31 aufweist^ die zwischen den sich gegenOberliegenden 
seitlichen RahmeneSementen 30a und 30b des Rahmans angeordnet sind und wobei jede der 
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Leisten 31 eJne Mehrzahl von mit glaichen gegenseitigsn Ab$t§nden angeordneten Montagela- 
schen 36 enthait, die von ihren beiden Seiten abstehen. Jedes dar seftflchen Rahmenelemente 
30a und 30b« die den benachbarten Leisten gegenuberliegen, trdgt gietchartige Montageiaschen 
36, die von ihnen vorstehen. Die Montagelaschen 36, die von den sich gegenuberliegenden 

5 Seiten jeder der Leisten 31 vorstehen, sind derart angeordnet, daS die Montagelaschen 36, die 
jeweils von einer Seite der Leiste 31 abstehen, jeweils zwischen zwei benachbarten Montagela- 
schen 36 angeordnet sind, die von der gegenuberliegenden Seite der Leiste vorstehen. In 
glelchartiger Weise ist jede der Montagelaschen 36, die von den jeweiligen seitlichen Rahmen- 
elementen 30a und 30b vorstehen, zwischen zwei benachbarten Montagelaschen 36 angeordnet, 

10 die von der gegenuberliegenden Leiste vorstehen. Zwischen jedem Paar von sich gegenuberlie- 
genden Leisten 31 und zwischen jedem der seitlichen Rahmenelemente 30a und 30b und den 
gegenuberliegenden Leisten sind Raume zum Aufnehmen einer Mehrzahl von jeweils nebeneinan- 
der liegenden IC-Tragem 34 ausgebildet. Genauer gesagt, ist jeder IC-Trager 34 in einem 
rechteckfdrmigen Trdgerabteil 37 untergebracht, wobei die rechteckfdrmigen Tragerabteile 37 in 

15 den jeweiligen RSumen vorhanden und in einer bestimmten Anordnung vorgesehen sind. Jedes 
Abteil 37 umfaBt zwei versetzte, sich schrdg gegenuberliegende Montagelaschen 36, die an den 
sich diagonal gegenuberliegenden Ecken des Abteils angeordnet sind. In dem dargestellten 
Beispiel, bel dem jede Leiste 31 16 Montagelaschen 36 auf jeder ihrer Seiten umfal^t, sind 16 
Tragerabteile 37 in jedem der RSume ausgebildet, in denen jeweils 1 6 IC-Trager 34 angebracht 
30 sind. Oa vier dieser R3ume vorhanden sind, konnen insgesamt 16x4, d.h. 64 tC-TrSger in einem 
Testtablett 3 angebracht warden. Jeder IC-Trager 34 ist an zwei Montagelaschen 36 durch 
Befestlgungsmittel 35 befestigt. 

Jeder IC-Tr§ger 34 basitzt Identischa Fomi und Grdfie hinsichtlich seiner AuBenkontur und weist 
2} In seiner Mitte eine IC-Tasche 38 zum Aufnehmen eines iC-Bauelements in dieser auf. Die Form 
der IC-Tasche 38 Jedes IC-Trdgers 34 ist in Abhgngtgkeit von der form des in der IC-Tasche 
jeweils aufzunehmenden IC-Bauelements festgelegt. Bei dem dargestellten Beispiel weist die IC- 
Tasche 38 doe Form einer im wesentlichen quadratischen Ausnehmung auf. Die AuSenabmes- 
sungen des IC-Trdgers 34 sind so festgelegt, da& er lose in den Raum einpa&bar ist* der 
30 zwischen den sich gegenOberliegenden Montagelaschen 36 in dem Trdgerabteil 37 definiert ist. 
Der IC-Trager 34 weist an seinen sich geganObarliegendan Enden Ransche auf, die zur Auflage 
auf den zugehdrigen Montagelaschen 36 ausgelegt sind. Diese Flansche sind mit durch sie 
hindurchfOhrenden Montage85chern 39, die zum Aufnehmen von durch sie hindurchgefOhrten 
Befestigungsmittein 35 dienen, und mit Lochem 40 zum DurchfQhren von Positionierungsstiften 
3s durch sie versehen. 

Da das Testtablett 3 in der Konstannemperaturkammer 4 einem breiten Temperaturbereich von - 
5S®C bis +125<'C ausgesetzt wird, Ist es notwendig, daS das Testtablett 3 aus einem Material 
gefertigt ist, das hohen Temperaturen von beispielsweise ungefahr 120^C und niedrigen 
40 Temperaturen von beispielsweise ungefdhr -30 ^C widerstehen kann. Bei diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel sind der rechteckfdrmige Rahmen 30, die Leisten 31 und die Montagelaschen 36 aus einer 
Aluminiumlegierung hergestellt, wobei die IC-TrSger 34 aus isolierendem Kunsthan gefertigt 
sind. 
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Bet diesem Beispiel kann die IC-Transporteinrichtung zum Transportieren von ICs von dem 
Universaltablett 1 zu dem Testtablett 3 in dem Beschickungsabschnitt 7 die Fomi einer Trans- 
porteinrichtung 71 fOr etnen Transport in den Achsenrichtungen X und Y aufweisen, wie dies in 
Fig. 11 gezeigt ist. Die Transporteinrichtung 71 weist zwei als Paar angeordnete, sich gegen- 

s Qbertiegende parallete Schienen 71 A und 71 B, die oberhalb des Beschickungsabschnrtts 7 an 
dessen sfch in Richtung der Achse X gegenuberfieg^den Enden angebracht sind und sich in 
Richtung der Achse Y erstrecken, einen beweglichen Ami 71C, der an den sich gegenuberliegen- 
den Enden an den beiden Schienen 71 A und 71 B, diese Oberspannend, fOr eine Bewegung in 
Richtung der Achse Y angebracht ist, und einen nicht gezeigten beweglichen Kopf auf {dieser 

10 Kopf wird im relevanten Stand der Technik als Aufnahme- und Positionierungskopf bezeichnet), 
der an dem beweglichen Arm 71 C fur eine Bewegung entiang dessetben in Langsrichtung des 
Arms, d.h. in Richtung der Achse X, angebracht ist. Bei diesem Aufbau ist der bewegliche Kopf 
in Richtung der Achse Y zwischen dem Testtablett 3 und dem Universaltablett 1 und auch in 
Richtung der Achse X entiang des beweglichen Arms 71c hin- und herbeweglich. 

IS 

Der bewegliche Kopf weist ein IC-Auf nehmerklssen (IC-Greifeiement) auf, das an seiner Boden- 
flache in Verclkalrichtung bewegltch angebracht ist. Ourch die Bewegung des beweglichen Kopfs 
in den Achsenrichtungen X und Y und durch die nach unten gerichtete Bewegung des Aufneh- 
merkissens wird das Aufnehmerklssen in Aniage mit den ICs gebracht, die auf dem Universal* 

20 tablett 1 angeordnet sind, das sich in der fQr das Universaltablett vorgesehenen Position 12 
stationer befindet, um hierdurch die ICs durch Unterdruckansaugung anzuziehen und zu ergrei- 
fen, um diese beisplelsweise von dem Unlversaltabten 1 zu dem Testtablett 3 zu transportieren. 
Der bewegliche Kopf kann mit einer Mehrzahl von Aufnehmerkissen, beisplelsweise acht 
Aufnehmerklssen, versehen sein, so da& gleichzeitig acht ICs von dem Unhrersaltablett 1 zu dem 

2s Testtablett 3 transportiert warden kdnnen. 

Hierbei ist anzumerken, da& eine Posltionskorrektureinrichtung 2 zum Korrigieren der Orientierung 
Oder Position eines ICs zwischen der Sollposition 12 fOr das Universaltablett und die Anhaiteposi- 
tion des Testtabletts 3 angeordnet ist, wobel diese Posltionskorrektureinrichtung 2 auch als 

30 "Rrazisionsausrichtungseinrichtung" bezeichnet wird. Die IC-Positionskorrektureinrichtung oder 
Prdzisionsaurichtungselnrichtung 2 enthalt relativ tiefe Ausnehmungen, in die ICs, die an die 
Aufnehmerkissen angezogen sind, nach Freigabe herabfallen kdnnen, bevor sie zu dam 
Testtablett 3 transportiert warden. Die Ausnehmungen sind jeweils durch vertikale schrSg 
verlaufende Seitenw^nde begrenzt die uber ihren schrSgen Verlauf die Tiefe vorgeben, mit der 

35 die ICs in die Ausnehmungen hineinfalien. Sobald acht ICs relativ zuelnander durch die Pbsitions- 
konrekturelnrichtung 2 positioniert worden sind, werden diese exakt posltlonlerten ICs erneut an 
die Aufnehmerkissen angezogen und zu dem Testtablett 3 transportiert. Das Universaltablett 1 ist 
mit Ausnehmungen zum Haften von ICs versehen, die im Vergleich mit der GrdQe von ICs 
ubermd&ig groB bemessen sind, wodurch sich eine brelte Vieifalt hinsichtlich der Posrtionen der 

40 ICs ergibt, die in dem Unhfersaitablett 1 gelagert ^nd. Falls daher die ICs als sofche durch die 
Aufnehmerkissen ergriffen und direkt zu dem Testtablett 3 transportiert wOrden, kfinnte der Fall 
auftreten, daft einlge der ICs nicht erfolgreich in die IC-Aufnahmeausnehmungen in dem 
Testtablett 3 eingebracht werden kdnnten. Dies ist der Gmnd fOr das Erfordemis der Posittons- 
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korrektureinrichtung 2, die, wis vorstahend baschriaben, bewirfct daB die ICs so ejtakt wie die 
Anordnung der IC-Aufnahmeausnehmungen in dam Testtablett 3 angeordnet warden. 

Der Entladaabschnrtt 8 ist mit einer Transporteinrichtung 81 fOr den Transport in den Richtungen 
s X und Y ausgestattet, die identischsn Aufbau wie die Transporteinrichtung 71 fQr die Richtungen 
X und Y aufweist, die fOr den Baschtekungsabschnitt 7 vorgesehan ist. Die Transporteinrichtung 
81 fQr die Richtungen X und Y Ist so angebracht daS sie die erste Position A und die zweite 
Position B Qberspannt und die Umsetzung der getesteten ICs von dem Testtablett 3, das zu dem 
Entladeabschnitt 8 heraustransportiert worden ist, auf das entsprechende Universattablett 1 
10 ausfuhrt. Die Transporteinrichtung 81 fur die Richtungen X und Y waist zwei als ein Paar 
vorgesehene, beabstandete paraltele Schienen 81 A und 818 auf, die oberhaib des Endadeab- 
schnitts 8 an dessen sich in Richtung der Achse X gegenGberiiegenden Enden angebracht sind 
und in Richtung der Achse Y verlaufen, und umfaBt femer einen beweglichen Arm 81 C, der an 
den sich gegenuberliegenden Enden an den balden Schienen 81 A und 81 B diese uberspannend 
15 so angebracht ist, daB er In Richtung der Achse Y bewegfich Ist, und einen nicht gezeigten 
beweglichen tCopf, der an dem beweglichen Arm 81c zur Bewegung entlang dessen in LSngsrich- 
tung des Arms, d.h. in Richtung der Achse X, angebracht ist. 

Im folganden wird der In dem Entladeabschnitt 8 erfolgende Sortiervorgang arQutert. Bel dem In 
M Rg. 1 1 gezeigten IC-Tester wird der Vorgang des Sortlerens und Umsetzens von getesteten ICs 
ledlglich im Hinblick auf Untversaltabletts ausgefuhrt, die jeweils benachbart zu der ersten und 
der zweiren Position A und B angeordnet sind. Genauer gesagt, sInd an der ersten Position A 
Unlversaltabletts la und lb angeordnet, Es sel angenommen, daft den Unlvarsaltabletts la und 
lb die Sortierkategorien 1 bzw. 2 zugeordnat sind. wahrend das Testtablett 3 an der ersten 
25 Position A angehatten ist, warden von dem Testtablett ledigtich diejenigen getesteten ICs, die zu 
den Kategorien 1 und 2 gahdren, herausgegriffen und auf die zugehdrigen Universaltabletts la 
' bzw. lb aufgebracht. Sobald das Testtablett 3, das an der ersten Position A anhSlt, von ICs, die 
zu den tCategorien 1 und 2 gehdren, geleert Ist, wird das Testtablett zu der zwetten Position B 
bewegt. 

50 

An der zweiten Position B sind, der zwaiten Position gegenuberltegend, Unlversaltabletts 1c und 
Id angeordnet. Es sei angenommen, daB diesen Universaltabletts 1c und 1d die Sortierkategorien 
3 bzw. 4 zugeordnat sind. Die getesteten ICs, die zu den Kategorien 3 und 4 gehdren, werden 
von dem Testtablett 3, das an der zweiten Position B anhait, abgegriffen und auf die zugehdrigen 
15 Unlversaltabletts 1c bzw. Id ubertragen. Wahrend der Sortiervorgang an der zweiten Position B 
ausgefOhrt wird, wird das nSchste Testtablett 3 von der Auslafikammer 5 zu dem Entladeab- 
schnitt 8 transportiert und an der ersten Position A in Vorbereitung auf den Sortiervorgang 
angehaltan. 

« Die Strecke, um die sich die Transporteinrichtung 81 fur die Richtungen X und Y bei diesem 
Sortiervorgang bewegen muS. la&t sich durch die vorstehend beschriebene Ausgestaitung 
venlngem, gemSft der die Transporteinrichtung 81 von den belden Entladeabschnitten (durch die 
erste und di© zweite Position A und B rapr&sentiart) gemeinsam benutzt wird und bei der die 
Sortiervorgange auf die Universaltabletts la, lb und die Universaltabletts Ic, Id beschrSnkt &n(i. 
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die sich jeweiis am nSchsten bei den Anhattepositionen A und B fQr das Testtablett befinden. Es 
ist somit verstdndlich, dafi es dieser Aufbau eriaubt, die insgesamt fur den Sortiervorgang 
erforderliche Bearbeitungszeit trotz der Tatsache zu verkQrzen, daB nur eine einziga Transponein- 
rtchtung 81 fur den Sortiervorgang eingesetzt wird. 

Hierbei ist anzumertcen. daB die Anzahl von Universaltabletts 1, die an den fQr die Universal* 
tabletts vorgesehenen Sollpositionen 12 in dam Entladeabschnitt 8 angeordnet werden kdnnan, 
aufgrund das zur VerfQgung stehenden Raums bei diesem Baispiel auf vier begrenzt ist. Demzu* 
folge ist die Anzahl von Kategorien, in die die iCs wdhrend des Echtzertbetriebs einsortiert 
werden kdnnen, auf die vier Kategorien 1 bis 4 beschrdnkt ist, wie dies vorstehend angegeben 
Ist. Auch wenn vier Kategorien im allgemeinen ausreichend sain sollten, urn zusStziich zu der 
einen Kategorie, die den "nicht auslegungskonformen Gegenstdnden" zugeordnet ist, drei 
Kategorien fur die Feinklasslfizierung von "auslegungskonformen Bauelementen" in Elemente fur 
hohe, mittlere und geringe Ansprechgeschwindlgkeit bereitzustelfen, kdnnen in manchen Fallen 
unter den getesteten ICs einige ICs vorhanden sein, die zu keiner dieser Kategorien gehdren. 
Sollten irgendwetche getesteten ICs vorhanden sein, die In eine andere Kategorie als die vier 
Kategorien sortiert werden sollten, sollte ein Universaltablett 1, das dieser zusdtzlichen Kategorie 
zugeordnet ist, von dem IC-Lagerabschnitt 1 1 herausgenommen und in den Entiadeabschnitt 8 
zum Speichem der ICs der zusdtzlichen Kategorie transportiert werden. Bel dieser Vorgehens- 
weise Ist es erforderiich, eines der Universaltabletts, die in dem Entladeabschnitt 8 angeordnet 
sind, zu dem IC-Lagerabschnitt 1 1 fur die Aufnahme in diesem zu transportleren. 

Falls der Austausch der Universaltabletts wahrend des Ablaufs des Sortlervorgangs bewirict wIrd, 
wurde dieser Sortiervorgang wahrend des Austauschs zu unterbrechen seln. Aus diesem Grund 
ist bei diesem Ausfuhrungsbelspiel ein Pufferabschnitt 6 zwischen den Anhattepositionen A und 
B fur das Testtablett 3 und den Positionen der Universaitabletts la bis Id angeordnet. Der 
Pufferabschnitt ist dazu ausgelegt, getestete ICs, die zu einer selten auftretenden Kategorie 
gehdren, zeitweilig zu speichem. 

Oar Pufferabschnitt 6 kann eine Kapazitat zur Aufnahme von beispielswelse ungefdhr 20 bis 30 
ICs aufweisen und kann mit einem Speicherabschnitt zum Speichern der Kategorie der ICs 
ausgestattet sein, die in den IC-Taschen des Pufferabschnitts 6 angeordnet sind. Die Positionen 
und die Kategorien der einzeinen ICs, die zeitweilig in dem Pufferabschnitt 6 gehaKen werden, 
werden oder sind dennzufolge in dem Speicherabschnitt gespeichert. Zwischen den Sortiervor- 
gfingen oder nach einer FQIIung des Pufferabschnitts 6 mit ICs wird von dem IC-i^gerabschnitt 
1 1 ein Universaltablett fur diajenlge Kategorie, zu denen die in dem Pufferabschnitt gehaltenen 
ICs gehdren, zu dem Entladeabschnitt 8 fOr die Aufnahme der ICs transportiert. Hierisei ist 
anzumerken, daB tCs, die zeitweilig in dem Pufferabschnin 6 gehalten werden, auf eine Vieizahl 
von Kategorien vertellt sein kdnnen. In diesem Pall ist es erforderllch, so vtete Universaltabletts 
wie die Anzahl von Kategorien zu gleichen Zelt bzw. wfihrend eines Zeitintervalls von dem IC- 
Lagerabschnitt 11 zu dem Entladeabschnitt 8 zu transportleren. 

Dor IC-Trager 34 halt einen IC derart an Ort und Stelle, daB dessen Leitungen oder Stifte PN nach 
unten freillegen, wie dies in Rg. 13 gezelgt Ist, Der TestCcopf 100 ist mit einem IC-Sockel 
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versehen, der KontaCcte 101 aufweist die sich von seiner oberseftigen OberflSche nach oben 
erstrecken. Die freiliegenden Stifte PN des ICs warden gegen die Kontakte 101 des IC-SocEcels 
gedrOcCct, um hierdurch eine elektrische Verbindung zwischen dem IC und dem Soctcel zu 
erzieien. Zu diesem Zweck tst oberhalb des Testkopfs em DrQcker 103 zum Orucken eines ICs 
nach unten und zum Hatten desselben angeordnet, der derart ausgestaltet ist, da& er den in 
einem IC-Trager 34 aufgenommenen IC von oben her druckt um hierdurch die Stifte PN mit dem 
Testkopf in Kontakt zu bringen. 

Die Anzahl von \Cs, die jeWeils gleichzeittg durch den Testkopf getestet werden kdnnen, h§ngt 
von der Anzahl von iC-Sockeln ab, die an dem Testkopf mondert sind. Wenn z.B. 64 ICs auf 
einem Testtablett 3 in etner Anordnung aus vier Zeilen x 1 6 Reihen angeordnet sind, wie dies in 
Rg. 14 gezeigt ist, sind an dem Testkopf 4x4, d.h. 16 IC-Sockei derart angeordnet und 
angebracht, daB diejenigen ICs (in schraffierter Darstellung gezeigt), die sich in jeder vierten 
Reihe und dort in alien Zeilen befinden, jeweils gleichzeitig getestet werden konnen. Genauer 
gesagt, wird die Untersuchung bei dem ersten Testlauf bezOglich derjenigen 1 6 ICs ausgef Ohrt. 
die tn der ersten, fOnften, neunten und dreizehnten Reihe und in alien Zeilen dieser Reihen 
angeordnet sind, wohingegen der zweite Testlauf bezuglich weiterer 16 ICs bewirkt wird, die in 
jeder Zeile in der zweiten, sechsten, zehnten und vierzehnten Reihe angeordnet sind. wozu 
hierfOr das Testtablett um eine Strecke verschoben wird. die einer Reihe der ICs entspFicht. Der 
dritte und der vierte Testlauf werden in gletchartiger Weise ausgefuhrt, bis alle ICs getestet sind. 
Die Testergebnisse werden in einem Speicher unter Adressen gespeichert, die beispielsweise 
durch die Identlfikationsnummer, die dem Testtablett 3 fest zugeordnet ist. und die IC-Nummem 
bestimmt sind, die den in dem Testtablett enthaltenen ICs zugeordnet sind. Hierbei ist anzumer* 
ken, da& dann, wenn 32 IC-Sockel an dem Testkopf angebracht werden konnen, lediglich zwei 
Testlaufe erforderllch sind, um hierdurch alle 64 ICs zu untersuchen, die in einer matrixfdrmigen 
Anordnung aus vier Zeilen und 1 6 Spalten angeordnet sind. 

Der iC-Lagerabschnitt 1 1 enthSIt bei diesem Ausf uhrungsbeispiel zwei fur zu testende ICs 
vorgesehene Lagergestelle (nicht gezeigt), die zum Aufnehmen von mit zu testenden ICs 
bestuckten Unlversaltabtetts 1 ausgelegt sind, und bei diesem Beispiel sieben, fur getestete ICs 
vorgesehene Lagergestelle <nfcht gezeigt), die zum Aufnehmen von Universaltabletts 1 dienen, 
die mit getesteten und auf der Grundlage der Testergebnisse in Kategorien einsortierten ICs 
bestQckt sind. Das fOr zu testende ICs vorgesehene Lagergestell und das fur getestete ICs 
vorgesehene Lagergestell sind so ausgebildet, dafi sie Universaltabletts in der Form eines Stapel 
aufnehmen konnen. Die Universaltabletts 1 mit den auf ihnen vorhandenen, zu testenden ICs, die 
in der Form eines Stapels in dem fOr zu testende ICs vorgesehenen Lagergestell gelagert sind, 
werden auf einanderfolgend von der Oberseite des Stapels her zu dem Beschickungsabschnitt 7 
transportiert. In dem die zu testenden ICs von den Universaltabletts 1 auf Testtabletts 3 
transportiert werden. die sich in dem Beschickungsabschnitt 7 in Bereitschaftssteliung befinden. 

Jedes der fOr noch zu testende ICs vorgesehenen Lagergestelle und der fur getestete ICs 
vorgesehenen Lagergestelle. von denen in Rg. 1 5 eines gezeigt ist, weist einen Tabletthalterah- 
men 51, der an der Oberseite off en ist und an der Bodenseite eine Offnung aufwelst* und einen 
Lift (Elevator) 52 auf. der unterhalb des Tablett-Tragrahmens 51 derart angeordnet ist. daS er 
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durch die bodensaitige Offnung desselben hindurch in Vertikalrichtung bewegllch ist. In dem 
Tablett-Tragrahmen 51 warden eine Vielzahl von jeweiis aufeinander gestapeKen Universaltab- 
letts 1 gespetchert und gehalten, die durch den Lift 52 in vertikaler RIchtung bewegt warden, der 
durch die bodensettige Offnung des Tablett-Tragrahmens 51 hindurch einwirkt. 

Auch wenn dies in Fig. 1 1 nicht gezeigt ist, ist eine Tablett-Transporteinrichtung oberhalb der fur 
zu testende ICs vorgesehenen Lagergestelle und der fur getestete ICs vorgesehenen Lagergestelle 
mgeor6net und so ausgelegt, dafi sie srch uber die gesamte Ausdehnung dieser Lagergestall 
hinweg In der Anordnungsrichtung der Gestelle (d.h. in Richtung der Achse X) bewegen kann. 
Die Tablett-Transporteinrichtung Ist an ihrer Unterselte mit elner Greifeinrlchtung zum Ergreifen 
eines Universaltabletts 1 versehen. Die Tablett-Transporteinrichtung wird zu einer Position 
oberhalb des fur die zu testenden ICs vorgesehenen Lagergestells bewegt, woraufhin der Lift 52 
so betdtigt wird, da& die in dem fur die zu testenden ICs vorgesehenen Lagergestell gestapelten 
Universaltabletts 1 angehoben warden, so daB das oberste Unrversaltablett 1 in Eingriff mit der 
Grerfeinrichtung der Tablett-Transporteinrichtung gebracht und durch diase ergriffen warden 
kann. Sobald das oberste, mit den zu testenden ICs bestuckte Universaltabtett 1 zu dar Tablan- 
Transportelnrichtung transportiert worden ist, wird der Lift 52 in seine ursprungliche Position 
abgesenkt. Die Tablatt-Transportelnrichtung wird dann in horizontaler RIchtung zu einer Position, 
die untarhalb der f Gr das Universaltabtett vorgesehenen Sollposition 1 2 in dem Beschickungsab- 
schnitt 7 llegt, bewegt und an dieser Position angehalten, an der die Tablett-Transporteinrichtung 
ihre Greifeinrichtung so betreibt, daB das Univarsaltablett 1 freigegeben wird, so daB as in einen 
unmittelbar darunter llegenden Tabiettaufnehmer (nicht gezeigt) herabf alien kann. Die Tablett- 
Transporteinrichtung, von der das Universaitablett 1 freigegeben wordan ist, wird aus dem 
Beschickungsabschnin 7 harausbawegt. Dann wird der nicht gezelgte Lift vom Bereich unterhalb 
des Tablettaufnehmers, auf dem das Universaitablett 1 angeordnet ist, nach oben bewegt, um 
hierdurch das Universaitablett 1 , das mit den zu testenden ICs bestOckt ist, anzuheben, so daB 
das Universaitablett 1 an der fur das Universaitablett vorgesehenen Sollposition 12 gahalten 
wird. 

Auch in dem Entladeabschnitt 8 sind oder warden viar leere Universaltabletts an den jeweiligen, 
fOr die Universaltabletts vorgesehenen Sollpositionen 1 2 durch die vorstehend arlauterta Tablett- 
Transporteinrichtung, die Tabiettaufnehmer und die zugeh5rigen Lifts positiontert und dort 
gehalten. Sobald ein Universaitablett 1 voilst§ndig gefullt worden ist, wird das Universaitablett 
von der Sollposrdon 12 durch den Lift abgesenkt und wird nachfolgend in der Tablettlagerposi- 
tion, die diesem bestimmten Tablett zugeordnet ist, durch die Tablett-Transporteinrichtung 
gelagert. 

Die Lange der Testzeitdauer (auch als MeBzeitdauar bezelchnet), die der IC-Taster zum Testen 
von ICs bendtigt, variiert in erhebllchem AusmaB in Abhangigkeit von dem Typ der ICs und dem 
Inhalt des Testvorgangs. Im allgemetnen bendtigt ein Test ungefShr einige wenige Sekunden bis 
mehrere zehn Minuten, und zwar gemessen ab dam Zeitpunkt, nachdem ein IC, der in den 
Testabschnitt 42 in einem auf einem Testtablett aufgebrachten Zustand hineintranspoftiert 
worden ist, in Kontakt mit einem iC-Sockel gebracht worden ist. 
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Bei dem Testen von ICs In dem Testabschnrtt 42 fOhrt eine relativ lange Zeitdauer, die fOr einen 
Test erforderlich 1st, notwendigerweise zu dem Erfordemis einer entsprechend langen Wartezeit, 
bis ein IC, der auf einem Testtablett aufgebracht und in die Anpassungskammer 41 transportiert 
worden ist^ fQr den Test in dem Testabschnftt 42 bereitgesteltt wird, was bedeutet daft die 
Testteblett-Transporteinrichtung nicht fQr sehr raschen Betiieb ausgelegt sein muB. Zusitziich 
Icann die Anzahl von Testtabletts, die in der Anpassungskammer 41 gestapelt werden kdnnen, 
verringert werden. 

Dies erfordert jedoch eine sehr lange Zeitspanne, bis der Test bezOglich alter ICs abgaschlossen 
ist, was zu einem schlechten Ausnutzungsverhdltnis bzw. Auslastungsgrad des teueren IC- 
Testers und demzufolge zu dem emsthaften Nachteil fOhrt, daS die Testkosten je IC stark erhdht 
sind. 

Zur Beseitigung dieses Nachteiis ist es erforderlich, die Anzahl von ICs zu erhdhen, die in dem 
Testabschnitt 42 gieichzeitig getestet (oder gemessen) werden kOnnen (dies wird als der 
gleichzeitige, durch die Anzahl von ICs ausgedrOckte Me&durchsau bezeichnet). HIerbei glbt es 
jedoch eine Grenze hinsichtUch der Anzahl von IC-SockeIn, die an einem Testkopf angebracht 
werden kdnnen, was wiederum zu einer Beschrdnkung hinsichtlich der Erhdhung des gleichzeiti- 
gen, durch die Anzahl von ICs ausgedruckten MeBdurchsatzes auferlegt. 

Zusatziich erfordert eine Zunahme der Anzahl von ICs, die gieichzeitig gemessen werden kdnnen, 
d.h. eine Erhdhung des durch die Anzahl von gieichzeitig gemessenen ICs ausgedruckten 
MeOdurchsatzes, daB eine entsprechende Anzahl von ICs von den Transport- und Handhabungs- 
einrichtungen einschlieBlich der Transporteinrichtungen 71 und 81 fOr die Richtungen X und Y 
fur den Beschickungsabschnitt 7 und den Endadeabschnitt 8 jeweits gehandhabt werden konnen. 
Auch wenn der durch die Anzahl von ICs ausgedrOckte Durchsatz von dem Leistungsvermogen 
Oder der Durchsatzkapazitdt dieser Transport- und Handhabungseinrichtung abhSngt, stellt sich in 
einem Fall, bei dem die Testzeitdauer relativ lang ist, kein besonderes Problem, wenn der durch 
die Anzahl von ICs ausgednQckte Durchsatz nicht so stark erhdht wird. 

Im Unterschied hierzu fOhrt in einem Fall, bei dem die Testzeitdauer in dem Testabschnitt 42 
relativ kurz 1st. ein Ausfall bei dem mit hoher Geschwindigkelt erfoigenden Transport von 
Testtabletts zu dem Testabschnitt 42 zu einer Idngeren, fur den Testvorgang in dem Testab- 
schnitt 42 veriorenen Zeitdauer, was dazu f Qhrt, da& die Arbeltszeit des IC-Testers unerwQnscht 
veriangert wird. Demgem§fi ist ein schneller Betrieb fflr die Testtablett-Transporteinrichtung 
erfordertich. Femer ist es bevorzugt da8 die Anzahl von Testtabletts, die in der Anpassungs- 
kammer 41 gestapelt werden kdnnen, erhdht ist. 

Auch wenn es nicht zu hohen Kosten f uhren wurde, den Betrieb der Testtablett-Transporteinrich- 
tung lediglich in einem begrenzten Ausmail mdglich zu machen, vnirde es demgegenuber aber 
mIt erheblichen Kosten begleitet sein, die Arbeitsgeschwindigkett bis nahe zu der maximalen 
Grenze zu erhdhen, wodurch sich der Nachteil erglbt, da& die Anfangskosten des gesamten IC- 
Testers sehr hoch werden. Zusitzlich hierzu ist es fur den Transport von Testtabletts mit hoher 
Geschwindigkelt notwendig, den durch die Anzahl von ICs ausgedrOcfcten Durchsatz der 
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Transport- und Handhabungsemrichtung einschlie&lich der Transportemrichtungen 71 und 81 fur 
die Richtungen X und Y zu erhohen. Es ist nicht nur teuer, den durch die Anzahl von ICs 
ausgedrQckten Durchsatz zu erh6hen, sondem es gibt auch eine natOiiiche Grenze bei der 
Erhohung des durch die Anzahl von ICs ausgedrQckten Ourchsatzes* Hierbei ist femer festzustel- 
s ien, da& dann, wenn die Testzeitdauer in dem Testabschnitt 42 relattv kurz ist, eine Erhohung 
des durch die Anzahl von ICs ausgedrQckten Ourchsatzes bei der gleichzeitigen Messung nicht zu 
einer signifikanten Verbesserung der Eflizienz fOhrt. 

10 Offenbamno der Erfinduno 

Eine erste Aufgabe der vortiegenden Erfindung besteht darin, einen IC-Tester zu schaffen, der 
imstande ist« die vor dem AbschluK des Testens von alien ICs erforderliche Zeitdauer zu 
verringern, um hierdurch den Ausiastungsgrad zu verbessern. 

15 

Eine zweite Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen IC-Tester zu schaffen, der 
imstande ist, Testtabletts von der Anpassungskammer durch den Testabschnitt zu der Auslafi- 
kammer zu transportieren und der einen verbesseaen, durch die Anzahl von ICs ausgedrQckten 
Me&durchsatz bei gleichzeitiger Messung bletet. 

20 

Eine dritte Aufgabe der vortiegenden Erfindung besteht darin, einen IC-Tester zu schaffen, der 
einen verbesserten, durch die Anzahl von ICs ausgedrQckten Durchsatz durch den Beschickungs- 
und den Entladeabschnitt bereitstelitt um hierdurch die Zeitdauer zu verkurzen, die vor dam bzw. 
bis zum Abschlufi des Testens von alien zu testenden ICs erforderlich Ist. 

25 

Eine vierte Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Testtablett fur den Einsatz in 
einem IC-Tester zu schaffen, das die Mdglichkeit des Transports von Testtabletts von der 
Anpassungskammer durch den Testabschnitt zu der Auslafikammer in effizienter Weise btetet. 

30 Zur L6sung der vorstehend angegebenen Aufgabe wird gemsa einem ersten Gesichtspunkt der 
vorliegenden Erfindung bei einem Halbleiterfoaueiement-Testgerat eines Typs, bei dem auf einem 
Testtablett aufgebrachte Halblelterbaueiemente zu einem Testabschnitt transportiert werden, in 
dem die Halbleiterbauelemente unter Verbleiben auf dem Testtablett getestet werden und die 
Halbleiterbauelemente nach dem AbschluH des Testvorgangs aus dem Testabschnitt heraus- 

33 transportiert werden, wonach sich ein Sortieren der Halbleiterbauelemente auf der Basis der 
Testergebnisse anschiie&t, ein Halbleiterfoauelement-Testgerdt bereitgestellt, in dem eine 
Mehrzahl von Transportpfaden zum Transportieren von mit Halbletterbauetementen bestuckten 
Testtabletts zu dem Testabschnitt bereitgestellt sind, und bei dem die zur Beseitigung der 
Wdrme/K§1te dtenende Einrichtung in dem ruckseitigen Abschnitt des Halbleiterbauelement- 

40 Testgerits angeordnet ist, wohingegen der Beschickungsabschnitt und der Entladeabschnitt vor 
der zur Ausubung der Temperaturbelastung vorgesehenen Einrichtung, dem Testabschnitt und 
der zur Beseitigung der wamne/Kaite dienenden Einrichtung angeordnet sind. Zwei Transport- 
pfade sind in demjenigen Abschnitt des Transportpfads fOr die Testtabletts vorgesehen, der sich 
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von der zur Ausubung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung durch den Testabschnitt 
bis zu der zum Besehigen/Kaite dienenden Einrichtung erstreckt. 

Die zur Ausubung der Temperaturfoeiastung dienende Enrichtung ist mit einer Vertikaltranspor* 
5 teinrichtung versehen, die so ausgebildet ist, da& sis eihe Mehrzahl von Testtabtetts in der Form 
eines Stapels mit vorbestimmten Abstinden zwischen aufeinanderfolgenden Tabletts hilt, wobei 
jede Stufe der Vertikahransporteinnchtung zum Halten von Testtabletts einen Raum fur die 
Aufnahma einer Mehrzahl von Testtabletts aufiveist. Eine Mehrzahl von Testtabletts, die 
aufelnanderfolgend von dem Beschickungsabschnitt eingefuhrt werden, werden entweder auf der 
10 obersten Oder auf der untersten Testtabletthaltestufe der Vertikaltransporteinrichtung aufeinan- 
derfolgend von der RQckseite her in Richtung zu der Vordersette der Stufe angeordnet, wobei 
aufeinanderfolgende Tabletts entweder mit vorbestimmten klelnen Abstinden zwischen benach- 
barten Tabletts oder in gegenseitiger Aniage angeordnet werden. 

IS Die zur Beseitigung der Wirme/Kalte dienende Einrichtung ist mit einer Vertikaltransporteinrich- 
tung versehen, die so ausgebildet ist, daft sie eine Mehrzahl von Testtabletts in der Form eines 
Stapets mit vorbestimmten Abstinden zwischen aufeinanderfolgenden Tabletts halten kann, 
wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertikaltransporteinrichtung einen 
Raum zur Aufnahme einer Mehrzahl von Testtabletts derart aufwelst da& eine Mehrzahl von 

M Testtablens, die von dem Testabschnitt her eingefOhrt werden, als solche entweder auf der 
obersten oder der untersten Testtabletthaltestufe der Vertikaltransporteinrichtung angeordnet 
werden. 

Gemaf^ einem zwelten Gesichtspunkt der vorliegenden Erflndung wind bei einem Haibleiterbau- 
2s element-Testgerit eines Typs, das einen Beschickungsabschnitt zum Transportieren und 
Umsetzen von Halbleiterbauelementen auf ein Testtablett und einen Entladeabschnitt zum 
Aufnehmen und Sortieren von getesteten Halbleiterbauelementen auf der Grundiage der Tester* 
gebnisse aufweist und bei dem auf einem Testtablett aufgebrachte Halbieiterbauelemente von 
dem Beschickungsabschnitt zu einem Testabschnitt transportiert werden, in dem die Halbletter- 
30 bauelemente unter Verbieib auf dem Testtablett getestet werden und die getesteten, auf dem 
Testtablen befindllchen Halbieiterbauelemente nach dem AbschluB des Tests aus dem Testab- 
schnitt zu dem Entladeabschnitt transportiert werden, woran sich ein Sortieren der Halbieiterbau- 
elemente auf der Grundiage der Testergebnisse anschlief^t, ein Halbleiterbauelement-Testgerit 
bereitgestellt, bei dem eine Mehnahl von Transportpfaden in demjenigen Abschnitt des 
35 Testtablett-Transportpfads vorgesehen ist, der sich von dem Entladeabschnitt bis zu Be- 
schickungsabschnitt erstreckt. 

Gemi6 einem dritten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wird bei einem Halbleiterbauele- 
ment-Testgerit eines Typs, bei dem auf einem Testtablett angeordnete Halbieiterbauelemente zu 
40 einem Testabschnitt transportiert werden, in dem die Halbieiterbauelemente unter Verbieib auf 
dem Testtablett getestet werden und nach dem AbschluB des Tests aus dem Testabschnitt 
heraustransportiert werden, woran sich ein Sortieren der Halbieiterbauelemente auf der Grund- 
iage der Testergebnisse anschlie&t, ein Halblelterbauelement*Testgerit bereitgestellt, bei dem ein 
Testtablett-Transportpfad zum Transportieren von mit Halbleiterbauelementen bestQckten 
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Testtabletts zu dem Testabschnitt ein verbrerterter Pfad ist, der ausrelchend breit ist, urn eine 
Mehrzahl von Testtabletts gleichzeitig zu transportieren, wobei die Mehrzahl von Testtabletts sich 
in derjentgen Richtung gegenubeiiiegen, die guar zu dem Testtablett-Transportpfad veiiauft. 



Bei einem speziellen Ausfuhrungsbeispiel ist zusdtzlfch zu dem Transportpfad, der zum Transpor- 
tieren von mit Halbleiterbauelementen bestOckten Testtabletts zu dam Testabschnitt dient, ein 
Transportpfad zum Transportieren von mit getesteten Halbleiterbauelementen bestuckten 
Testtabletts aus dem Testabschnitt heraus nach dem AbschluS des Testvorgangs als verbreiter* 
ter Pfad ausgebildet, der ausreichend brett ist* um eine Mehrzahl von Testtabletts gleichzeitig 
transportieren zu konnen, wobei die Mehrzahl von Testtabletts sich in einer Richtung gegenOber- 
liegen, die quer zu dem Testtablen-Transportpfad verlSuft. Wenn das Halbleiterbauelement- 
TestgerSt beispielsweise eine zur Ausubung einer Temperaturbelastung dienende Einrichtung, die 
zum Ausuben einer durch eine vorbestimmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbeanspru* 
Chung auf die Halbleiterbauelemente dient; den Testabschnitt; eine zur Beseitigung von 
Wdrme/Kaite dienende Elnrichtung zur Beseitigung der wanme Oder KSIte von Halbleiterbauele- 
menten, die einem Test in dem Testabschnitt unterzogen worden sind; einen Beschlckungsab- 
schnitt zum Transportieren und Umsetzen von Halbleiterbauelementen auf ein Testtablett; und 
einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten, von dem Testabschnitt 
zugefQhrten Halbleiterbauelementen auf der Grundlage der Testergebnisse aufweist; und wenn 
die zur Ausubung der Temperaturbelastung dienende Einrichtung und der Testabschnitt in dem 
rOckseitigen Abschnitt des Halbleiterbauelement-TestgerSts angeordnet sind, wohtngegen der 
Beschlckungsabschnitt und der Entladeabschnin vor der zur Ausubung der Temperaturbelastung 
dienenden Einrichtung und dem Testabschnitt angeordnet sind, und bel dem die zur Beseitigung 
der Warme/Kdlte dienende Einrichtung vor dem Testabschnitt und unterhalb des Entladeab- 
schnitts angeordnet ist, ist der besagte verbreiterte Pfad, der ausreichend breit ist, um eine 
Mehrzahl von Testtabletts gleichzeitig zu transportieren, wobei die Mehrzahl von Testtabletts sich 
in der quer zu dem Testtablett-Transportpfad vertaufenden Richtung gegenuberiiegen, in 
demjenigen Abschnitt des Testtablett-Transportpfads vorgesehen, der sich von der zur Ausubung 
der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung zu dem Testabschnitt erstreckt. 

Wenn die zur AusQbung der Temperaturbelastung dienende Einrichtung, der Testabschnitt und 
die zur Beseitigung der WSrme/Kaite dienende Einrichtung in dem rOckseitigen Abschnitt des 
Halbleiterbauelement-Testgerits angeordnet sind, wahrend der Beschlckungsabschnitt und der 
Entladeabschnitt vor der zur Ausubung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung, dem 
Testabschnitt und der zur Beseitigung der Wdnne/Kdite dienenden Einrichtung angeordnet sind, 
ist der verbreiterte Pfad, der ausreichend breit ist, um eine Mehrzahl von Testtablens gleichzeitig 
zu transportieren, derart, da& sich die Mehrzahl von Testtabletts in der quer zu dem Testtablett- 
Transportpfad verlaufenden Richtung gegenuberiiegen, in demjenigen Abschnitt des Testtablett- 
Transportpfads vorgesehen, der sich von der zur Ausubung der Temperaturbelastung dienenden 
Einrichtung uber den Testabschnitt zu der zur Beseitigung der Warme/Kfllte dienenden Bnrich- 
tung erstreckt. 

Die Mehrzahl von Testtabletts, die sich in der quer zu dem Testtablett-Transportpfad weisenden 
Richtung gegenObeiliegen, befinden sich jeweiis in gegenseitigem Qngriff . 
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Die zur Ausubung der Tempersturfoelastung dienende Bnrichtung ist mit einar Vertifcaltransport- 
einrichtung ausgestattet die so aufgebaut isi, daS sie eina Mahrzahl von Teattablatts in dar Form 
eines Stapels mit vorbestimmten AbstSnden zwischen aufeinanderfolgenden Tabletts halten 

5 kann, und daB jeda zum Hatten von Testtablatts dienande Stufe der Vertifcaltransporteinrichtung 
einen Raum zur Aufnahme einar Mehrzahl von Testtablatts {zwei Testtabletts) aufweist. Eine 
Mehrzahl von Testtabletts, die aufeinander folgend von dem Beschickungsabschnttt eingefQhrt 
werden, wird entweder auf der obersten Oder den untersten* zur Testtabletthalterung dienenden 
Stufe der Vertikaltransporteinrichtung aufeinander folgend von der Ruckselte her in Richtung zu 

10 der Frontseite der Stufe angeordnetr wobei aufeinander folgende Tabletts in integralem bzw. 
miteinandar verbundenen gegenseitigen Engriff stehen. 

Die zur Beseitigung der Warme/Kalte dienende Einrichtung ist mit einer Vertikaftransporteinrich- 
tung versehen« die so ausgestaltet ist, da& sie eine Mehrzahl von Testtabletts in der Form eines 

IS Stapels mit vortiestlmmten Abstdnden zwischen aufeinanderfolgenden Tabletts halten kann, und 
daH jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertikahransporteinrichtung einen Raum 
zur Aufnahme einer IVIehrzahl von Testtabletts umfaSt. Eine Mehrzahl von Testtabletts, die in 
einer quer zu dem Testtablett-Transportpfad verlaufenden Richtung nebeneinander liegend 
angeordnet sind und von dem Beschickungsabschnitt her eingefQhrt werden, werden als solche 

30 entweder auf dar obersten oder der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe der 
Vertikaltranaporteinrichtung angeordnet* 

Gem§& einem vierten Gesichtspunkt der vorllegenden Erfindung wird als ein Halbleiterbauele- 
ment*Testger§t eines Typs, der einen Beschickungsabschnitt zum Transportieren und Umsetzen 

25 von Halbleiterbauelementen auf eIn Testtablett und einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und 
Sortieren von getesteten Halbleiterbauelementen auf der Grundlage der Testergebnisse umfa&t 
und bei dem auf einem Testtablett befindliche Halbleiterbauelemente von dem Beschickungsab- 
schnitt zu einem Testabschnitt transportiert werden, in dem die Halbleiterbauelemente unter 
Verbleib auf dem Testtablett getestet werden und die getesteten, auf dem Testtablett befindli- 

30 chen Halbleiterbauelemente nach dem AbschluB des Tests aus dem Testabschnitt zu dem 
Entladeabschnitt transportien werden, wonach sie dann auf der Grundlage der Testergebnisse 
sortiert werden, ein Halbleiterbauelement-Testgerit bereitgestellt, in dem ein verbreiterter Pfad, 
der ausrelchend breit zum gleichzeitigen Transportieren einer Mehrzahl von Testtabletts derart ist, 
daS die Mehrzahl von Testtabletts in einer quar zu dem Transportpfad der Testtabletts verlaufen- 

>5 den Richtung nebeneinander liegen, in demjenigen Abschnitt des Testtablett-Transportpfads 
vorgesehen ist, der von dem Entladeabschnitt zu dem Beschickungsabschnitt verlduft. 

Die Mehrzahl von Testtabletts, die in der quer zu dem Testtablett-Transportpfad verlaufenden 
Richtung nebeneinander angeordnet sind, stehen In gegenseitigem Elngriff . 

40 

Gemdfi einem fOnften Gesichtspunkt der vorllegenden Erfindung wird als ein Halbleiterbauele- 
ment-Testgerdt eines Typs, bei dem auf einem Testtablett aufgebrachte Halbleiterbauelemente zu 
einem Testabschnitt transportiert werden, in dem die Halbleiterbauelemente unter Verbleib auf 
dem Testtablett getestet werden und nach dem Abschiuft des Tests aus dem Testabschnitt 
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heraustransportfert werden, wonach sie dann auf der Grundiage dar Testergabnisse sortiert 
werdenr ein Halbleiterbauelement-Testgerat bereitgestelit bei dem die Testtabietts jeweils im 
wesentltchen rechteckfdrmige Gestalt aufweisen und bei dem ein Testtablett-Transportpfad, der 
zum Transportieren van mit HalbiertBrbauelemanten bestuckten Testtabietts zu dem Testabschnitt 
dient, ein verbreiterter Pfad ist, der ausreichend breit ist^ urn das jeweilige rechteckffirmige 
Testtabtett so zu transportieren, daB die langere Kante des Testtabietts in der Richtung des 
Transports des Testtabietts vome liegt. 

Bei einem speziellen Ausfuhrungsbeispiel l$t zusdtzitch zu dem Transportpfad, der zum Transpor- 
tieren von rechteckffirmigen und mrt Halbleherbauelementen bestOckten Testtabietts zu dem 
Testabschnitt dient, ein Transportpfad, der zum Transportieren etnes rechteckformigen und mit 
getesteten Halbleiterbauelementen bestuckten Testtabietts aus dem Testabschnitt nach dem 
AbschiuB des in dem Testabschnitt durchgefuhrten Testvorgang dient. ein verbreiterter Pfad 
vorgesehen, der ausreichend bneit ist urn das rechteckformige Testtablett so zu transportierenr 
da& die Idngere Kante des Testtablens in Richtung der Transportbewegung des Testtabietts 
vorne llegt. 

Wenn das Halbleiterbauelement-Testgerat beispielsweise eine zur AusQbung einer Temperaturfae- 
lastung dienende Gnrichtung, durch die auf die Hatbleiterbauelemente eine durch eine vorbe- 
stimmte Temperatur hervorgerufene Temperaturbelastung ausgeObt wird; den Testabschnitt; eine 
zur Besettigung der Wdrme/KSIte dienende Enrichtung, die zum Besettigen der W3rme oder Kalte 
bei denjenigen Halbleiterbauelementen, die in dem Testabschnitt einem Test unterzogen worden 
sind, dient; einen Beschickungsabschnitt zum Transportieren und Umladen von Halbleiterbauele- 
menten auf ein Testtablett; und einen Entladeabschnm zum Aufnehmen und Sortieren von 
getesteten und von dem Testabschnitt her zugefuhrten Halblerterbauelementen auf der Grundiage 
der Testergebntsse enthalt, und wenn die zur Ausubung der Temperaturbelastung dienende 
Einrichtung und der Testabschnitt in dem rOckseitigen Abschnrtt des Halbletterbauelement- 
Testgerdtes angeordnet sind, wohingegen der Beschickungsabschnitt und der Entiadeabschnitt 
vor der zur Ausubung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung und dem Testabschnitt 
angeordnet sind, 1st die zur Beseitigung der Wdrme/KSIte dienende Gnrichtung vor dem Testab* 
schnitt und unterhalb des Entiadeabschnitt angeordnet. und es ist der vert>reiterte Pfad, der 
ausreichend breit ist, dad das rechteckfdrmige Testtablett so transportiert warden kann, da& die 
Hauptkante des Testtabietts in Richtung der Transportbewegung des Testtabietts vome liegt, in 
demjenigen Abschnitt des Testtablett-Transportpfads vorgesehen, der sich von der zur AusQbung 
der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung zu dem Testabschnitt erstreckt. 

Wenn die zur Ausubung der Temperaturbelastung dienende Einrichtung, der Testabschnitt und 
die zur Beseitigung der W§rme/Kalte dienende Bnrichtung in dem ruckseitigen Abschnitt des 
Halbleiterbauelement'Testgerdts angeordnet sind, wohingegen der Beschickungsabschnitt und 
der Entiadeabschnitt vor der zur AusQbung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung, dem 
Testabschnin und der zur Beseitigung der Wdrme/Kdite dienenden Einrichtung angeordnet sind, 
ist der verbreiterte Pfad, der ausreichend breit ist, um das rechteckfdrmige Testtablett so zu 
transportieren, daB die Idngere Kante des Testtabietts In der Richtung der Transportbewegung 
des Testtabietts vome liegt, in demjenigen Abschnitt des Testtablett-Transportpfads vorgesehen. 
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der sich von der zur AusQbung der Temperaturbelastung dienenden Enrichtung durch den 
Testabschnitt zu der zur Beseitigung der warme/Kaite dienenden Bnrichtung erstreckt. 

In diesem Fall warden zwei Oder mehr rechteckfSrmige Testtabletts zu einem jeweiligen Zeitpunkt 
seriell so transportiert, da(^ die Hauptkanta jades Testtabletts in Richtung der Transportbewegung 
des Testtabletts entlang des Testtablett-Transportpfads vome liegt. 

Die zur AusQbung der Temperaturbelastung dienende Bnrichtung ist mit einer Vertikattransport* 
einrichtung versehen, die so ausgebildet ist, da& eine Mehrzahl von Testtabletts in der Form 
eines Stapels mit vorbestlmmten Abstinden zwischen aufeinander folgenden Tabletts gehalten 
warden kann, und daH jade zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertikaitransportein- 
richtung einen Raum zur Aufnahme einer Mehrzahl von Testtabletts In einer Reihe aufweist, 
wenn die Testtabletts von dem Beschickungsabschnitt eingefuhrt werden, wobet die langere 
Kante jedes Testtabletts jeweils in Richtung der Transportbewegung des Testtabletts vome liegt. 

Eine Mehrzahl von Testtabletts, die aufeinanderfolgend von dem Beschickungsabschnitt einge- 
fOhrt werden, wird mit Ausnahme des zuletzt eingefQhrten Testtabletts entweder auf der 
obersten oder der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe der Vertikaltransport- 
einrichtung eingebracht, woran sich ein sukzesmer Transport in der rechtwinklig zu der 
Einfuhrungsrichtung verlaufenden Richtung anschlie&t, wahrend das zuletzt eingefOhrte 
Testtablett so beibehalten wird, wie es von dem Beschickungsabschnitt hergefOhrt worden ist. 
Hierdurch wird die Mehrzahl von Testtabletts mit Ausnahme des zuletzt eingefQhrten Testtabletts 
durch den AuslaB der zur AusQbung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung mit 
vorbestlmmten klelnen Abstdnden zwischen benachbarten Tabletts oder In gegenseitiger 
Tablettanlage transportlert und entweder auf der obersten oder der untersten, zum Halten von 
Testtabletts dienenden Stufe der Vertikaltransporteinrfchtung so angeordnet, dafi sie in einer 
Reihe nebeneinander iiegen. 

Die zur Beseitigung der WSrme/Kaite dienende Einrichtung 1st mit einer Vertikaltransporteinrich* 
tung versehen, die so ausgestaltet ist, da& sie eine Mehrzahl von Testtabletts in der Form eines 
Stapels mit vorbestlmmten Abstdnden zwischen aufeinanderfolgenden Tabletts halten kann, und 
dad jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertikaltransporteinrichtung einen Raum 
zur Aufnahme einer Mehrzahl von Testtabletts derart aufweist, da& die grd&ere Kante jedes 
Testtabletts in Richtung der Transportbewegung des Testtabletts vome liegt. Eine Mehrzahl von 
Testtabletts, die serieil von dem Beschickungsabschnitt eingefuhrt werden, werden als seiche 
entweder auf der obersten oder auf der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe 
der Vertikaltransporteinrichtung angeordnet. Gemafi einem sechsten Gesichtspunkt der vortie- 
genden Erfindung wird als etn Halbieiterbauelement-Testgerdt eines Typs, der einen Be- 
schickungsabschnitt zum Transportieren und Umsetzen von Halbleiterbauelementen auf ein 
Testtablett und einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und zum Sortieren von getesteten 
Halbleiterbauelementen auf der Grundlage der Testergebnisse aufweist und bei dem auf einem 
Testtablett aufgebrachte Halbleiterbauelemente von dem Beschickungsabschnitt zu einem 
Testabschnitt transportiert werden, in dem die Halbleiterbauelemente getestet werden, wobei sie 
auf dem Testtablett verbleiben, und die auf dem Testtablett befindlichen Halbleiterbauelemente 
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nach dem Abschlu& des Testvorgangs aus dem Testsbschnttt zu dem Entladeabschnitt transport 
ttert werdsn, woran stch sin Sortieren der Halbleiterbauelomente auf der Grundlaga dor Testar- 
gebnisse anschiie&t ein Haiblerterbauelement-Testgerat geschaffen, in dem ein vdrbreftsrter Pfad, 
der ausreichend breit ist, urn ein rechteckformiges Testtablett so zu transportieren, da& die 
3 grdBere Kante des Testtabletts in Richtung der Transportbewegting des Testtabletts vome liegt, 
in demjenigen Abschnitt des Testtablett-Transportpfads vorgesehen ist, der von dem Entladeab- 
schnitt zu dem Beschickungsabschnitt veriSuft. 

Auch in diesem Fall werden zwei Oder mehr rechteckformige Testtabletts gleichzeitig seriell so 
iQ transportiert, da& die grdQere Kante jedes Testtabletts in Richtung der Transportbewegung der 
Testtabletts endang des Testtablett-Transportpfads nach vome weist. 

Gemd& einem siebten Gesichtspunkt der voriiegenden Erfindung wird als ein Halbleiterbauele- 
ment'Testgerdt etnes Typs, bei dem auf einem Testtablett aufgebrachte Halbleiterbauelemente zu 
einem Testabschnttt transpordert werden, in dem die Halbleiterbauelemente getestet werden, 
wShrend sie auf dem Testtablett verbleiben, und die Halbleiterbauelemente nach dem AbschluS 
des Testvorgangs aus dem Testabschnitt heraustransportiert werden, wonach sich ein Sortieren 
der Halbleiterbauelemente auf der Grundlage der Testergebntsse anschiiefit, ein Halblerteribauele- 
ment-Testgerat bereitgestellt, bei dem eine Vertikaltransporteinrlchtung, die so ausgebildet ist 
daft sie eine Mehrzahl von Testtabletts in der Form eines Stapels mit vorbestimmten AbstSnden 
zwischen aufeinander folgenden Tabletts halten kann, in einer Konstanttemperaturkammer 
vorgesehen ist, die eine zur AusObung einer Temperaturbelastung dienende Einrichtung, durch 
die eine durch eine vorbestimmte Temperatur verursachte Temperaturbeanspruchung auf die 
Halbleiterbauelemente ausObbar ist, und den Testabschnln enthait, wobei Jede zum Halten von 
Testtabletts dienenda Stufe der Vartikaltransporteinrichtung einen Raum zum Aufnehmen einer 
Mehrzahl von Testtabletts derart aufweist, da& eine IVlehrzahl von Testtabletts gleichzeitig zu 
dem Testabschnitt transportiert werden kdnnen. 

Das Haibleiterbauelement'Testgerat umfa&t weiterhin eInen Beschickungsabschnitt zum Transpor- 
30 tieren und Umsetzen von Halbleiterbauelementen auf ein Testtablett sowie einen Entladeabschnitt 
zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten Halbleiterbauelementen auf der Grundlage der 
Testergebnisse, wobei sowohl der Beschickungsabschnitt als auch der Entladeabschnitt Jewells 
mit einer Vertikaltransporteinrichtung ausgestattet ist, die so ausgelegt sind, daB sie eine 
Mehrzahl von Testtabletts in der Form eines Stapels mit vorbestimmten AbstSnden zwischen 
39 aufeinander folgenden Tabletts halten kann, wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende 
Stufe der Vertikaltransporteinrichtung eInen Raum zur Aufnahme eines Testtabletts enthdlt. 

Bei einem alternativen Ausfuhrungsbelspiel enthdtt das Halbleiterbauelement-Testgerdt femer 
einen Beschickungsabschnitt zum Transportteren und Umsetzen von Halbleiterbauelementen auf 
<o ein Testtablett sowie einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten 
Halbleiterbauelementen auf der Grundlage der Testergebnisse, wobei sowohl der Beschickungs* 
abschnitt als auch der Entladeabschnitt jeweils mit einer Vertikaltransporteinrichtung versehen 
ist, die so ausgestaltet ist, daft sie eine Mehrzahl von Testtabletts in der Form eines Stapels mit 
vorbestimmten Abstftnden zwischen aufeinander folgenden Tabletts halten kann, wobei jede zum 
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Hatten von Testtabletts dienende Stufe der Vertikattransporteinrichtung einen Raum zur Auf* 
nahme einer Mehrzahl von Testtabletts umfaSt. 

Bei einem speziellen AusfQhrungsbeispiel ist ein Testkopf an der Oberseite der Konstanttempera- 
turkammer angebracht. Wenn eine Mehrzahl von Testtabletts, die auf eIner Jeweiligen, zum 
Halten von Testtabletts dienenden Stufe angeordnet sind, nach oben bis zu der obersten, zum 
Halten von Testtabletts dienenden Stufe durch die Vertikaltransporteinrichtung in der Konstant- 
temperaturkammer angehoben worden ist, kann eine vorbestimmte Anzahl von l-lalbleiterbauete- 
menten aus denjenigen Halbleiterbauefementen, die auf der l^shrzahi von in der obersten, zum 
Halten von Testtabletts dienenden Stufe befindltchen Testtabletts angeordnet sind, mit einem an 
dem Testkopf angebrachten Bauelementsockel bzw. Testsockel in elektrische Verbindung 
gebracht werden, wobel der Bauelementsockel nach unten welst. 

Jede der zum Halten von Testtabletts dienenden Stufen der in der Konstanttemperaturkammer 
befindlichen Vertikaltransponeinrichtung weist einen Raum zur Auf nahme einer Mehrzahl von 
Testtabletts in einer Reihe auf, wobei diese Testtabletts von dem Beschickungsabschnitt 
eingefuhrt w^den. Die Mehrzahl von Testtabletts, die aufeinanderfolgend von dem Be- 
schickungsabschnitt zugefuhrt werden, werden mit Ausnahme des zuletzt eingefOhrten 
Testtabletts entweder auf der obersten Oder auf der untersten, zum Halten von Testtabletts 
dienenden Stufe der Vartikahransporteinrichtung angeordnet, wonach sie dann sukzessive in eine 
RIchtung bewegt werden, die rechtwinklig zu der Einfuhrungsrichtung verlduft, wohtngegen das 
zuletzt eingefOhrte Testtablett so belbehalten wird, wie es von dem Beschickungsabschnitt 
zugefGhrt worden ist. 

Gemifi einem achten Gestchtspunkt der vorliegenden Erfindung werden Testtabletts geschaffen, 
die fOr den Einsatz bei dem Halbleiterbauelement-Testgerat gemd& dem vorstehend erlduterten, 
dritten und vierten Gesichtspunkt der Erfindung geeignet sind, wobei jedes dieser Testtabletts 
einen rechteckformigen Rahmen umfaBt, bei dem ein von zwei sich gegenuberliegenden Randem 
mit einer Ausnehmungseinrichtung versehen ist und der andere der sich gegenOberliegenden 
Rander mit einer vorstehenden Einrichtung versehen ist, wobei die Testtabletts integral bzw. fast 
miteinander verbindbar sind, indem die vorstehende Enrichtung des einen Testtabletts mit der 
Ausnehmungseinrichtung des anderen Testtabletts in Eingriff bringbar Ist. 

Gemas einem neunten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung werden Testtablens geschaf* 
fen, die fQr den Einsatz bei dem Halbleiterbauelement-Testgerat gemfift dem vorstehend erliuter- 
ten dritten und vierten Gesichtspunkt der Erfindung geeignet sind, wobei jedes der Testtabletts 
einen rechteckfdrmigen Rahmen aufweist, bei dem einer von zwei sich gegenOberliegenden 
R§ndem mit einer fQr schwenkbaren Engriff ausgelegten vorstehenden Einrichtung versehen ist 
und der andere der sich gegenOberliegenden RSnder mit einer Ausnehmungseinrichtung versehen 
ist, wobei die Testtabletts Integral bzw. fest miteinander verbindbar sind, indem die fur den 
Eingriff vorgesehene vorstehende Einrichtung eines der Testtabletts mit der Ausnehmungseinrich- 
tung eines anderen Testtabletts in Engriff gebracht werden. 
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GsmaB einem zehnten Gesichtspunkt der voriiegenden Erfindung wird ein Hafbieiterbauelement* 
Testgerat gesdiaffen, bei dem ein plattenfdmniges Bement zum Gnsatz kommt, das zwei, ein 
Paar bildende dffnungen aufweist, die sich mrt einem vorbestimmton Zwischenabstand gegen- 
Qberliegend ausgebildet sind und zum Aufnehmen von zwei Testtabletts dienen. von denen 
jeweils eins in jede der Offnungen eingesetzt ist, derart, daS die beiden Testtabletts gemeinsam 
mit dem plattenfdmnlgen Bement entiang des Testtablett-Transportpfads transportiert werden 
kdnnen. 



Ktiffg PQ?ffhr?ii;iVnq c^^r ^Qighpyipq^n 

Rg. 1 zeigt eine Oraufsicht, die den allgemernen Aufbau eines ersten AusfOhrungsbetsptels 
des Halbleiterbauelement-Testgerats gemSfi der voriiegenden Erfindung veranschau- 
licht; 

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht, die den allgemeinen Aufbau eines zwelten Ausfuhrungsbeispieis 
des Halbfeiterbauelement-Testgerdts gemd& der voriiegenden Erfindung veranschau- 
licht; 

Figs. 3(a) und 3(b) zeigen Oarstellungen zur Veranschaullchung der funktioneilen Vorteile des 
Halbleiterbauelement-Testgerdts gemaa dem zweiten, in Rg. 2 dargestellten AusfQh- 
rungsbeispiel; 

Rg. 4 zeigt eine Draufsicht, die den allgemeinen Auflaau eines dritten Ausfuhrungsbeispieis 
des Halblelterbauelement-Testgerats gemaft der voriiegenden Erfindung veranschau- 
licht; 

Rg. 5 zeigt eine Draufsicht, die eine Eingriffsetnrichtung veranschaulicht, die fur den 
gegenseitigen Eingriff von zwei Testtabletts ausgelegt ist, urn hierdurch diese 
Testtabletts integral bzw. fest miteinander zu verbinden; 

Fig. 6 zeigt eine Darstellung, die erne Ausfuhrungsform von Fuhrungselementen einer 
Transporteinrichtung zeigt, die zum Transportieren von zwei Testtabletts in fest mit- 
einander verbundenem Zustand ausgelegt ist, wobel In Fig. 6A eine Draufsicht darge- 
stellt ist und Rg. 6B eine Seitenansicht zeigt, die von der llnken Seite gemdfi Rg. 6A 
her gesehen ist; 

Rg. 7 zeigt eine Darstellung, die ein weiteres Beispiel einer Eingriffseinrichtung veranschau- 
licht, die fOr den gegenseitigen Eingriff zwischen zwei Testtabletts ausgelegt ist, um 
diese Testtabletts hierdurch integral bzw. fest miteinander zu verbinden, wobei in Fig. 
7A eine Draufsicht dargesteilt ist, Rgs. 7B, 7C und 7D jeweils perspektivische Ansich- 
ten zeigen, und Rg. 7E eine Querschnittsansicht von Rg. 7D zeigt, die emtang der 
Linie 7E-7E geschnttten ist; 
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Fig. 8 zeigf eine perspektivische Anslcht* in der der ailgemeine Aufbau eines funften 
Ausfuhmngsbeispiels des Halbleiterbauelement^Testgdrdts gemaB der vorliegenden 
Erfindung dargesteltt ist; 

Fig. 9 zeigt eine teilweise in perspelctivischer Darstellung gezeigte Ansicht die den allgemei* 
nen Aufbau eines sechsten AusfOhrungsbeispiels des Halbleiterbauelement-Testgerdts 
gemiS der vorliegenden Erfindung veranschaulicht; 

Fig. 10 zeigt eine Vorderansicbt des Haibleiteibauelement-Testgerats gemiB dem sechsten, in 
Fig. 9 dargestellten Ausfuhrungsbeisptei, wobei der durch die Konstannemperatur- 
kammer gebildete Abschnitt im Querschnitt gezelgt ist; 

Rg. 1 1 zeigt eine Draufsicht, in der der gemeine Aufbau einer Ausfuhrungsform eines 
herkdmmlichen Halbleiterbauelement-Testgerats veranschaulicht ist; 

Rg. 12 zeigt eine auseinandergezogene perspektivische Darstellung, die den Aufbau einer 
AusfOhrungsform eines Testtabletts fur die Verwendung bei dem Halbleiterbauelement- 
Testgerdt veranschaulicht; 

Fig. 13 zeigt eine vergrdOerte Querschnlttsansicht, in der die Art und Weise veranschaulicht 
ist, in der ein im Test befindlicher und in dem rn Rg. 1 1 gezeigten Testtablett angeord- 
neter IC In elektrische Verbindung mit dem Testkopf bringbar ist; 

Rg. 14 zeigt eine Draufsichtr die die Reihenfoige veranschaulicht in der die in einem 
Testtablett angeordneten ICs dem Testvorgang unterzogen werden; und 

Rg. 1 5 zeigt eine perspektivische Ansicht, die den Aufbau eines IC-Lagergestells fOr die 
Verwendung bei dem in Rg. 1 1 gezeigten Halbleiterbauelement-Testgerat veranschau- 
licht. 



Beste AusfOhmnqsform zur AusfOhmno der Erfindung 

Rg. 1 zeigt den allgemeinen Aufbau eines Halbleiterbauetement-Testgerdts gemSfi einem ersten 
Ausfuhrungsbeisplel der vorliegenden Erfindung. Da die vorliegende Erfindung in gieichartiger 
Weise wie bei der vorstehenden Eriauterung der Ausfuhrungsform gemaft dem Stand der Technik 
anhand des ersten AusfOhrungsbeispiels und auch bei den werteren AusfQhrungsbeispielen unter 
Bezugnahme auf ICs ertautert wird, die typische Beispiele fQr Halbleiterbauelemente darstellen, 
wird das Halbleiterbauelement-Testgerat im folgenden vereinfacht als iC-Tester bezeichnet. 
Weiterhin sind die in Rg. 1 gezeigten Elemente, die den Elementen gemdfi Rg. 1 1 entsprechen, 
mit den gleichen Bezugszeichen versehen und werden daher, soweit nicht erforderlich* nicht 
nochmals im einzelnen erldutert. 
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Gleichartig wie der in Rg. 1 1 gezelgte IC-Tester ist auch der IC-Tester gemafi der vorUegenden 
Erfindung, wie er in Rg. 1 gezetgt i$t, derart aufgebaut, daS eine Konstanttemperaturkammer 4, 
die eine Anpassungskammer bzw. Temperaturanpassungskammer (Soak Chamber) 41 und einen 
Testabschnitt 42 enthalt, und eine Ausla&kammer 5 in dem ruckwartigen Abschnitt des IC- 
Testers in der von links nach recbts, gemSB der Darstellung in der Zeichnung, weisenden 
Richtung angeordnst stnd (diese Richtung wird im folgenden als Richtung der Achse X oder X- 
Achsenrichtung bezeichnet). Demgegenuber sind vor der Konstanttemperaturkammer 4 und der 
Ausia&kammer 5 ein Beschickungsabschnin 7 und ein Entladeabschnitt 8 angeordnet. Der 
Beschickungsabschnitt 7 ist dazu ausgelegt, im Test befindiiche ICs auf Testtabletts 3 zu 
ubertragen und umzusetzen, die imstande sind, hohen/tiefen Temperaturen widerstehen zu 
konnen. Demgegenuber ist der Entladeabschnitt 8 dazu ausgelegt, getestete ICs« die auf dem 
Testtablett 3 durch die AuslaQkammer 5 hindurch nach auGen transportiert worden sind, 
nachdem sle in dem Testabschnitt 42 der Konstanttemperaturkammer 4 getestet worden sInd, 
von dem Testtablett 3 auf ein Universaltablett zu ubertragen und auf dieses ietztere umzusetzen. 
Femer ist im vorderen Bereich bzw. an der Frontseite des iC-Testers ein Lagerabschnitt 1 1 zum 
Legem von Universaitabletts 1 , die mit zu testenden ICs bestOckt sInd, und von Universaltabletts 
1 , die mit bereits getesteten und sortierten ICs bestOckt sind, angeordnet. 

Genauer gesagt, sind die Anpassungskammer 41, der Testabschnitt 42 und die AuslaSkammer 5 
in dieser angegebenen Reihenfolge von links nach rechts gemfift der Darstellung in der Zeich- 
nung, d.h. in Richtung der Achse X, angeordnet. Der Beschickungsabschnitt 7 und der Entlade- 
abschnitt 8 sind vor der Anpassungskammer 41 der Konstanttemperaturkammer 4 bzw. vor der 
AuslaBkammer 5 angebracht. DemgemdS wird ein Testtablett 3 in gleichartiger Weise wie bei 
dem herkdmmlichen IC-Tester in die Konstanttemperaturkammer 4 in deijenigen Richtung (die 
nach oben und unten weisende Richtung gemiS der Darstellung in der Zetchnung, die hier als die 
Richtung der Achse Y bzw. als Y-Achsenrichtung bezeichnet wird) eingebracht, die rechtwinkJig 
zu derjenigen Richtung (Richtung der Achse X) verlduft, in der es von dem Entladeabschnitt 8 zu 
dem Beschickungsabschnitt 7 tran^ortlert worden ist. Aus der Konstanttemperaturkammer 4 
wird das Testtablett 3 erneut in derjenigen Richtung heraustransportiert, die rechtwinklig zu der 
Richtung veriauft, mit der es von dem Beschickungsabschnitt 7 her eingefOhrt worden ist. In 
gleichartiger Weise wird das Testtablett 3 von der Ausla&kammer 5 nach aufien in derjenigen 
Richtung transportiert, die rechtwinklig zu der Richtung verlSuft, mit der es von der Konstant- 
temperaturkammer 4 her eingefuhrt worden ist. Aus dem Entladeabschnitt 8 wird das Testtablen 
3 emeut in derjenigen Richtung ausgetragen, die rechtwinklig zu der Richtung verliuft, mit der es 
von der Ausla&kammer 5 her eingefQhrt worden ist. Anders ausgedrOckt, befindet sich eine der 
kleineren Kanten des Tabletts dann, wenn das Testtablett 3 von dem Entladeabschnitt 8 zu dem 
Beschickungsabschnitt 7 transportiert wird, in der vorderen Position bei dem Transport, wohin- 
gegen das Testtablett 3 wahrend des Transports von dem Beschickungsabschnitt 7 zu der 
Konstanttemperaturkammer 4 so vorwSrts bewegt wird, daft sich einer seiner langeren Render 
vorne befindet. Bei dem Obergang von der Konstanttemperaturkammer 4 zu der AuslaSkammer 5 
wird das Testtablett 3 mit dem anderen seiner kleineren Rander vome liegend bewegt; und es 
wird dann das Testtablett 3 von der AuslaOkammer 6 zu dem Entladeabschnitt 8 transportiert, 
wobei sich der andere seiner grSOeren Rander vome befindet. 
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Die Anpassungskammer 41 der Konstanttemperaturkammer 4 ist dazu ausgelegtr im Test 
befindltche ICs, die in dem Beschickungsabschnitt 7 auf ein Testtabfett 3 aufgebracht worden 
sind, Temperaturbeanspruchungen zu unterziehen, die entweder durch eine vorfoestimmte hohe 
Oder durch eine niedrige Temperatur verursacht werden. Der Testabschnrtt 42 der Konstanttem- 
peraturkammer 4 ist dazu ausgelegtr elektrische Tests bezuglich der ICs auszufQhren, die sich 
unter der durch die vorbestimmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbelastung befinden, 
die in der Anpassungskammer 41 ausgeObt worden ist. Oamit die ICs, die unter der entweder 
durch die vorbestimmte hohe Oder die vorbestimmte niedrige Temperatur hervorgerufenen 
Temperaturbelastung stehen, wShrend des Tests bei dieser Temperatur gehalten werden, sind 
sowohl die Anpassungskammer 41 als auch der Testabschnitt 42 in der Konstanttemperatur- 
kammer 4 enthalten, die imstande ist, den Innenraum bei einer vorbestimmten Temperatur zu 
haKen. Die Auslal^kammer 5 Ist dazu ausgelegt die Wdrme oder KSIte von den getesteten ICs zu 
beseitigen, damit die ICs wieder auf die Au&entemperatur (Raumtemperatur) zurOckgebracht 
werden. Hierzu werden die ICs in der Auslafikammer 5 mit zwangsweise umgewdlzter Luft bis 
auf die Raumtemperatur abgekuhlt, falls die im Test befindlichen tCs einer hohen Temperaturbe- 
lastung, belspielsweise in der GroBenordnung von MO^C, in der Anpassungskammer 41 
ausgesetzt worden waren. Fails die im Test befindlichen ICs eine niedrige Temperatur in der 
Grdftenordnung von -30 °C besa&en< auf die sie in der Anpassungskammer 41 gebracht worden 
waren, werden sie in der Auslafikammer 5 mit erwarmter Luft oder durch einen Helzer wieder auf 
eine Temperatur erwirmt, bei der keine Kondensation auftritt. 

Der Entladeabschnitt 8 ist so ausgelegt, daS er getestete ICs, die auf einem Testtablett angeord- 
net sind, in entsprechende Kategorien auf der Grundlage der Daten der Testergebnisse soniert 
und diese auf die zugehdrigen Universaitabletts aufbringt. Bei diesem Beispiel ist der Entladeab- 
schnitt 8 so ausgelegt daft Testtabletts 3 an zwei Positionen A und B angehalten werden 
konnen. Die ICs auf den Testtabletts 3, die an der ersten Position A und der zweiten Position B 
angehalten sInd, werden auf der Grundlage der Daten der Testergebnisse sortiert und auf die 
Universaitabletts der entsprechenden Kategorien ubertragen und in diesen geiagert, wobei eich 
die Universaitabletts stationer an den fOr die Universaitabletts vorgesehenen Sollpositionen 12 
beflnden. Bei dem dargestellten AusfQhrungsbeispiel sind vier Universaitabletts la, lb, 1c und Id 
vorhanden. 

Das Testtablett 3 kann die gleiche Grdfle und denselben Aufbau wie die Testtabletts aufweisen, 
die bei dem herkdmmlichen IC-Tester eingesetzt werden und unter Bezugnahme auf Fig. 11 
bereits beschrieben sind* Dies bedeutet, da& das Testtablett 3 den in Fig. 12 gezeigten Aufbau 
aufweist. Das Testtablett 3 wird in umlaufender Welse von dem Beschickungsabschnitt 7 
sequentieil durch die Anpassungskammer 41 und den Testabschnitt 42 in der Konstanttempera- 
turicammer 4, die Ausla&kammer 5 und den Entladeabschnitt 8 bewegt und dann zurOck zum 
Beschickungsabschnitt 7 transportlert. In diesem umlaufenden Transportpfad ist eine vorbe- 
stimmte Anzahl von Testtabletts 3 vorhanden, die aufeinander folgend durch eine Testtablett- 
Transporteinrichtung In denjenigen Richtungen bewegt werden, die in Rg. 1 mit dicken schraf- 
fierten Pfelien angegeben sind« 
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Bei diesem ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist, wie dies aus Fig. 1 ersichtlich istr die 
Tfefe (Ldnge in Richtung der Achse Y) der Konstannemperaturkammer 4 und der AuslaBkammer 
5 im Vergleich zu derjenigen bei dam herkdmmlichen IC-Tester um eine Strecke verldngert, die 
ungefShr einer Querbreite (LSnge der kleineren Kante) des rechteckfdrmigen Testtabletts 3 
entspricht. Weiterhin sind zwei im wesendichen parallel verlaufende Transportpfade fOr die 
Testtabletts 3 vorgesehen, die aufeinanderfolgend durch die Anpassungskammer 41 und den 
Testabschnitt 42 in der Konstanttemperaturfcammer 4 und dann durch die Ausla&kammer 5 
verlaufen, so daS zwei Testtabletts 3 gleichzeitig entlang der beiden Transportpfade transportiert 
werden konnen, wie dies aus der Zeichnung ersichtlich Ist. In diesem Fall ist die Gesamtbreite 
(L3nge in Richtung der Achse Y) der beiden Transportpfade ungefghr gleich grol& wie die Summe 
der Querbreiten von zwei Testtabletts. Das Vorsehen der beiden Transportpfade fuhrt daher zu 
einer Vergrdfierung der Tiefe (Lange in Richtung der Achse Y) des IC-Testers um ledigllch 
denjenlgen Betrag, der ungefihr der Lange der kleineren Kante des Testtabletts 3 entspricht. 

Im folgenden wird die Arbeitsweise des in der vorstehend erlduterten Weise aufgebauten IC* 
Testers beschrieben. 

Ein Testtablett 3, das zu testende ICs trdgt die in dem Beschickungsabschnitt 7 von einem 
Universaltablett 1 auf dieses Testtablett 3 aufgebracht worden sind, wird von dem Be- 
schickungsabschnitt 7 zu der Konstanttemperaturkammer 4 so transportiert, da& sich eine ihrer 
Idngeren Kanten vorne befindet, und wird dann in die Anpassungskammer 41 durch einen Einlafi 
eingefOhrt, der in der Vorderseite der Konstanttemperaturkammer 4 ausgebildet ist. Die Anpas- 
sungskammer (Temperaturanpassungskammer) 41 ist intern mit einer Vertikattransportelnrich- 
tung ausgestattet, die dazu ausgelegt 1st, eine Mehrzahl von Testtabletts 3 (beispielsweise S 
Testtabletts) in aufeinander gestapelter Weise mit vorbestimmten Abstdnden zwischen den 
Testtabletts zu halten. 

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel weist jede zum Halten eines Testtabletts vorgesehene Stufe der 
Vertikaltransporteinrichtung eine Tiefe auf (diese entspricht der Abmessung des Auslasses der 
Anpassungskammer 41 ), die ungefahr gleich groB ist wie die Summe der Querbreiten von zwei 
Testtabletts. Weiterhin weist jede Stufe der Vertikaltransporteinrichtung einen Einlaft auf, der 
grfi&enmaBIg so f estgelegt ist, daG er ungefdhr gleich groB ist wie die Ldnge des langeren Rands 
des Testtabletts (entsprechend der Abmessung des Einlasses der Anpassungskammer 41, 
gemessen In Richtung der Achse X). Das erste Testtablett 3, das von dem Beschickungsab- 
schnitt 7 erhalten wird, wird auf der obersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung in der 
hinteren Halfte (der oberen Haifte bei Betrachtung in Richtung der Achse Y) dieser Stufe 
angeordnet und wird durch Hatteelemente gehalten, die dieser Stufe zugeordnet sind. Die 
Vertikaltransporteinrichtung wird in ihrem Betrieb angehahen, bis zwei Testtabletts auf die 
oberste Stufe transportiert worden sind. Sobaid das zweite Testtablett 3 von dem Beschickungs- 
abschnitt 7 auf die oberste Stufe der Vertikaltransporteinrichtung transportiert und in der 
vorderen HSIfte <der unteren Halfte bei Betrachtung in Richtung der Achse Y) der Stufe entweder 
mit einem vorbestimmten Abstand zu dem ersten Tesnablett Oder in AnIage mit diesem gebracht 
worden ist, wird die Vertikaltransporteinrichtung derart betatigt, daB die Testtabletts auf den 
nachfotgeiiden Stufen nach unten um eine Stufe in der vertikalen Richtung bewegt werden (die 
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vertikale RIchtung wird ais Richtung der Achse Z bzw. Z-Achsenrlchtung bezeichnet). Attemativ 
kann die Ausgestaltung auch derart getroffen sain, daS dann, wenn das erste Testtablett in die 
hintera HSIfte auf der obersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung etngebracht worden ist, der 
Betrieb der Vertikaltransporteinrichtung so lange angehalten wird, bis ein vorbestimmtes 
Zeitintervall verstrichen ist wahrend dessen die Abwartsbewegung der Testtabletts auf den 
nachfolgenden Stufen angehalten wird. 

Die Vertikaltransporteinrichtung ist so ausgelegt, da& sie zwei Testtabletts auf jeder Stufe halten 
kann, und ist derart betreibbar, daS die beiden Testtabletts, die stch in einer jewelligen Stufe 
befinden, sukzessiv nach unten zu der nSchst ttef eren Stufe bewegt werden, 

Wdhrend zwei auf der obersten Stufe befindiiche Testtabletts nach unten durch die nachfolgen- 
den Stufen bis zu der untersten Stufe bewegt werden, und wahrend der Wartezeitdauer, bis der 
Testabschnin 42 geleert worden ist (d,h. fOr den nachsten Testvorgang zur Verfugung stehtK 
werden die zu testenden ICs, die sich auf den beiden Testtabletts befinden, einer Temperaturbe* 
lastung ausgesetzt, die entweder durch eine vorbestimmte hohe Oder eine vorbeetimmte niedrige 
Temperatur hervorgerufen wird. 

Sobald die beiden Testtabletts nach unten bis zu der untersten Stufe bewegt worden sind, 
werden sie nahezu gleichzeitig entlang der jewelligen Transportpfade durch den AusiaE der 
Anpassungskammer 41 heraus in den Testabschnitt 42 transportiert, der sich in Richtung der 
Achse X auf der linken bzw. rechten Seite anschlieEt und mit dem unteren Abschnitt der 
Anpassungskammer 41 in Verblndung steht. Es ist damit ersichtlich, daft die beiden Testtabletts 
aus der Anpassungskammer 41 heraus in einer Richtung transportiert werden, die rechtwinklig 
zur Richtung ihrer Enfuhrung veriduft. Der Pfad, entlang dessen das erste Testtablett aus der 
Anpassungskammer 41 heraus durch den Testabschnitt 42 zu der Ausla&kammer 5 transportiert 
wird, wird als der erste Transportpfad bezeichnet, wohingegen derjenige Pfad, entlang dessen 
das zweite Testtablett aus der Anpassungskammer 41 heraus durch den zweiten Testabschnitt 
42 hindurch zu der Auslafikammer 5 transportiert wird, als der zweite Transportpfad bezeichnet 
wird. 

Der Testabschnitt 42 ist mit einem einzelnen Testkopf (ntcht gezeigt) ausgestattet der an der 
entsprechenden Position unterhalb der beiden Transportpfade fur die Testtabletts angeordnet ist. 
Die zwei Testtabletts, die nahezu gleichzeitig aus der Anpassungskammer 41 heraus bewegt 
werden, werden entlang des ersten bzw. des zweiten, jeweils voneinander getrennten Transport- 
pfads zu dem Testabschnitt 42 transportiert und an vorbestimmten Positionen angehalten, die 
oberhalb der entsprechenden Bauelementsockei (nicht gezeigt) bzw, Testsockel liegen, die an 
dem Testkopf angebracht sind. Nachfolgend wird eine vorbestimmte Anzahl von im Test 
beflndlichen ICs aus den auf diesen Testtabletts beflndtichen iCs in elektrischen Kontakt mit den 
entsprechenden Bauelementsockeln gebracht, die an dem Testkopf montlert sind. HIerbei blelben 
die ICs auf den Testtabletts angeordnet. 

Nach dem Abschluft des Tests von alien ICs auf den beiden Testtabletts mit Hilfe der Testkdpfe 
werden diese beiden Testtabletts endang der jewelligen Transportpfade aus dem Testabschnitt 
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42 heraus zu der AusJalUcammer 5 transportiert, in der die warme Oder Kdlte von den getesteten 
ICs abgefuhrt wird. 

Es ist anzumerken, daft anstelle der Bareitsteilung nur eines einzigen Testlcopfs auch zwei 
Testlcdpfe vorhanden sein kdnnen, von denen jeweils einer fur einen der beiden Testtablett- 
Transportpfade vorgesehen ist, wobei die beiden Testkopfe jeweils an thnen angebrachte 
Bauelementsockel umfassen, die fur einen Kontalct mit den ICs auf den beiden Testtabletts, die 
den beiden Testicapfen entsprechen, ausgelegt sind. Welterhin ist anzumerken, da(& trotz der 
Tat8ache« daft zwei Teattabietts von der Anpassungslcammer 41 zu dem Testabschnitt 42 und 
anschiiefiend aus dem Testabschnitt 42 zu der Auslai^kammer 5 transportiert werden. es nicht 
zwingend erforderlich ist, dali die beiden Testtabletts gleichzeitig transportiert werden. 

Ahniich wie die Anpassungskammer 41 ist auch die AuslaBkammer 5 mit einer Vertikaltransport- 
einrichtung ausgestattet, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahi von Testtabletts 3 (beisptelsweise 
funf Testtabletts) in aufeinandergestapelter Weise mit vorbestimmten AbstSnden zwischen den 
Testtabletts zu halten. 

Bei diesem Ausf Qhrungsbeispiel waist jede zum Halten eines Testtabletts auf ihr ausgelegte Stuf e 
der In der Ausiatikammer 5 vorgesehenen Vertikaltransporteinrichtung einen EiniaH auf, der 
grd&enmafiig so festgalegt ist, daS er ungef9hr gleich groS Ist wie die Summe der Querbreiten 
von zwei Testtabletts und ungefShr gleich groft ist wie eine Ldnge der lingeren Kante des 
Testtabletts (entsprechend der Abmessung des Einiasses der Austafikammer 5, gemessen in 
Richtung der Achse Y), und eine Tiefe aufweist, die ungefahr gteich gro& ist wie eine LSnge des 
langeren Rands des Testtabletts (entsprechend der Abmessung des Auslasses der Ausla&kammer 
5, gemessen in Richtung der Achse X). Das erste Testtablett 3, das entlang des ersten Trans- 
portpfads von dem Testabschnitt 42 her eingefQhrt worden ist, wird auf der untersten Stufe der 
Vertikaltransporteinrichtung in der hinteren Haifte dieser Stufe angeordnet, wohingegen das 
zwelte Testtablett 3, das entlang des zweiten Transportpfads von dem Testabschnitt 42 her 
eingefQhrt wird. auf der untersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung in der vorderen Haifte 
dieser Stufe angeordnet wird* Die beiden Testtabletts werden hierbei durch Halteelemente 
gehalten, die dieser Stufe zugeordnet sind. 

Die Vertikaltransporteinrichtung beflndet sich im stationaren Zustand, bis die beiden Testtabletts 
auf die unterste Stufe aufgebracht worden sind. Sobaid zwei Testtabletts von dem Testabschnitt 
42 her auf die unterste Stufe der Vertikaltransporteinrichtung transportiert worden sind, wird die 
Vertikaltransporteinrichtung so betdtigt, dafi sle die auf den aufeinanderfolgenden Stufen 
befindlichen Testtabletts um eine Stufe nach oben in der vertikalen Richtung bewegt. Wdhrend 
zwei auf der untersten Stufe befindliche Testtabletts nach oben bis zu der obersten Stufe 
aufgrund der nach oben gerichteten Bewegung der aufeinanderfotgenden Stufen durch die 
Betatigung der Vertikaltransporteinrichtung bewegt werden, wird die WSrme oder Kaite von den 
getesteten ICs abgefOhrt, so dad diese wieder auf die Au&entemperatur (Raumtemperatur) 
zurOckgebracht werden. 
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Da der IC*Test bezQglich ICs ausgefOhrt winl, dia einer gewOnschten Temperaturbelastung 
ausgesetzt sind, wobei diese Temperaturbelastung m ernem bretten Temperaturbereich von 
beispielsweise *55^C bis +12S^C llegen kann und in der Anpassungskammer 41 auf die ICs 
ausgeubt wird, warden, wie bereits angegeben, die ICs In der Ausiafikammer 5 mit zwangswei- 

9 ser umgewilzter Luft bis auf die Raumtemperatur herabgekuhit wenn die ICs elne hohe Tempe- 
ratur von beispielsweise ungefahr 120°C aufwiesen, auf die sie in der Anpassungskammer 41 
aufgeheizt worden waren. Falls die ICs jedoch auf eine niedrtge Temperatur von beispielsweise 
ungefdhr -30^C gebracht wurden, die auf sie in der Anpassungskammer 41 ausgeubt wurde, 
werden sie In der Auslaftkammer 5 mit erwirmter Luft Oder durch einen Heizer wieder auf eine 

10 Temperatur aufgeheizt, bei der keine Kondensation auftritt. 

Nach der Beseitlgung der Wdrme oder der KSIte wird das zweite Testtablett 3, das in der 
vorderen Hglfte der obersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung angeordnet ist aus der 
Auslaf^kammer 5 heraus durch den Auslati der Auslafikammer (dieser ist so angeordnet, da& er 

15 der Frontsette der Ausla&kammer 5 zugewandt ist) in einer Richtung* die rechtwinkllg zu der 
Richtung der EinfOhrung des Testtabletts aus dem Testabschnitt 42 in die Ausia&kammer 5 
vertauft, zu der Position A an dem Entladeabschnin 8 transportiert. Am ndchsten zu dieser ersten 
Position A sind die Unlversaltabletts 1a und lb angeordnet. Wenn angenommen wird, dafi die 
Klasslfikationskategorien 1 und 2 diesen Unlversaltabletts la bzw. lb zugeordnet sind, werden 

10 wihrend des Anhaitens des Testtabletts 3 an der ersten Position A lediglich diejenlgen getesteten 
ICs, die zu den Kategorlen 1 und 2 gehdren, von dem an der ersten Position A angehaltenen 
Testtablett 3 herausgegriffen und auf die jeweils zugehdrlgen Untversaitabtetts la bzw. lb 
aufgebracht. Sobaid das Testtablett 3, das sich in der ersten Position A ohne Bewegung 
befindet von den zu den Kategorien 1 und 2 gehdrenden ICs geleert worden ist, wird das 

25 Testtablett zu der zweiten Position B bewegt. 

Am nSchsten zu der zweiten Position 8 sind die Unlversaltabletts 1c und Id angeordnet. Wenn 
angenommen wird, daft die Klasslfikationskategorien 3 und 4 diesen Unlversaltabletts 1c bzw. Id 
zugeordnet sind, werden die zu den Kategorien 3 und 4 gehdrenden getesteten ICs von dem 
30 Testtablett 3, das an der zweiten Position B gehalten wird, herausgegriffen und auf die entspre- 
chenden Unlversaltabletts 1c bzw. Id ubertragen. 

Nachfolgend wird das erste Testtablett 3, das In der hinteren HSIfte der obersten Stufe der 
Vertikaltransporteinrichtung angeordnet ist, aus der Ausla&kammer 5 heraus durch deren Auslafi 
35 zu der Position A an dem Entiadeabschnitt 8 transportiert und In dieser Position angehalten. Der 
Transpon des ersten Testtabletts zu dem Entladeabschn'rtt 8 flndet entweder gleichzeitig hiermit 
Oder nach dem Transport des zweiten Testtabletts von der Position A zu der Position B des 
Entladeabschnitts 8 statt. 

40 Es Ist ersichdich, da& die Strecke, um die sich die Transportein richtung 81 fQr die Richtungen X 
und Y fOr den Sortiervorgang bewegen mu8, durch die vorstehend beschrlebene Ausgestah:ung 
verringert werden kann, da die Transporteinrichtung 81 fur die Richtungen X und Y gemeinsam 
von den beiden Endadeabschnitten (diese sind durch die erste und die zweite Position A und 8 
reprisenttert) benutzt wird und da die Sordervorginge auf die Unlversaltabletts la, lb und die 
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Universaltabtetts 1c, Id beschrdnkt sind, die sich jsweils am nSchsten bei den Tesnablett- 
Anhaltepositionen A bzw. B befinden. Demzufolge eriaubt es dieser Aufbau, die insgesamt fOr 
den Sortiervorgang bendtigte Bearbeitungszeitdauer zu verkurzen, und zwar trotz der Tatsache, 
daft nur eine emzige Transporteinrichtung 81 fOr die RIchtungen X und Y fOr den Sortiervorgang 
elngesetzt wird. 



Auch bei diesem AusfQhrungsbeispiel 1st anzumerken, da& die Anzahi von Universaltabletts 1, die 
an den fOr die Untversaltabletts vorgesehenen Soilpositionen 12 in dem Entladeabschnitt 8 
angeordnet werden Ic6nnen, aufgrund des zur Verfugung stehenden Raums auf vier begrenzt ist. 
Folglich ist die Anzahi von Kategorien, in die die ICs wdhrend des Echtzeitbetriel>8 bzw. ohne 
Zwischenspeicherung einsortiert werden kdnnen, auf die vier Kategorien 1 bis 4 beschranlct wie 
dies vorstehend angegeben ist. Auch wenn im allgemeinen vier Kategorien ausreichend sind, urn 
zusatzlich zu der einen Kategorie, die *nicht auslegungslconformen Bauteilen" zugeordnet ist, 
noch drei Kategorien fur die Feinklassifizierung von "auslegungskonfoimen Bauteilen** in 
Bauelemente mit hoher, mrttlerer und niedriger Ansprechgeschwindigkeit abzudecken, kann es in 
manchen Fillen einige ICs unter den getesteten ICs geben, die nicht zu irgendeiner dieser 
Kategorien gehdren. Sollten irgendweiche derartigen getesteten ICs gefunden werden, die in eine 
andere Kategorie als diese vier Kategorien einsortiert werden sotiten, soiite ein Universaltablett 1, 
das der zusdtztichen Kategorie zugeordnet ist, aus dem fur leere Tabletts vorgesehenen Lagerge- 
stall IE (in dem unteren rechten Eckberelch gemSft Rg. 1) des IC-Lagerabschnitts 11 herausge- 
griffen und in den Entladeabschnitt 8 transportierc werden, damit die ICs der zusatzlichen 
Kategorie aufgenommen werden k6nnen. Wenn dies ausgefuhrt werden mu&, ist es auch 
notwendig, irgendeines der Universaltabletts, die in dem Entladeabschnitt 8 angeordnet sind, zu 
dem IC-Legerabschnitt 1 1 fur die Speicherung in diesem zu transportieren. 

Falls der Austausch der Universaltabletts wahrend des Ablaufs des Sortiervorgangs ausgefOhrt 
wird, mOfite der letztgenannte Vorgang wahrend des Austauschs unterbrochen warden. Aus 
diesem Grund ist bei diesem AusfQhrungsbeispiel auch ein Pufferabschnitt 6 zwischen den 
Anhaltepositionen A und B fur das Testtablett 3 und den Positionen der Universaltabletts la bis 
Id angeordnet, der zum zeltwelligen Aufnehmen von getesteten ICs dient, die zu einer selten 
auftretenden Kategorie gehdren. 



Der Pufferabschnitt 6 kann eine Kapazitat zum Aufnehmen von beispielsweise 20 bis 30 ICs 
aufweisen und kann mit einem Speicherabschnitt zum Speichem der Kategorie und der Position 
der ICs, die in den einzelnen IC-Taschen des Pufferabschnitt 6 angeordnet sind, ausgestattet 
sein. Bei dieser Ausgestaltung wird ein Universaltablett fur diejenige Kategorie, zu der die in dem 
Pufferabschnin aufgenommenen ICs gehdren, zwischen den Sortiervorgdngen Oder nach der 
FQIIung des Pufferabschnitts 6 mit ICs von dem IC-Lagerabschnitt 1 1 zu der fOr die Universal- 
tabletts vorgesehenen Sollposition 1 2 an dem Entladeabschnitt 8 transportiert. so da& die ICs in 
diesem Universaltablett gelagert werden konnen. Es ist hierbei anzumerken, dal^ die zeitweilig in 
dem Pufferabschnitt 6 aufgenommenen ICs auf eine Mehrzahl von Kategorien verteilt sein 
kdnnen. In diesem Fall Ist es dann erforderlich, so viele Universaltabletts wie die Anzahi von 
gleichzeitig vorhandenen Kategorien von dem IC-Lagerabschnitt 1 1 zu dem Entladeabschnitt 8 zu 
tran^x>rtieren. 
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Das Testtablett 3, das in dem Entladeabschnitt 8 geleert worden ist wtrd zu dem Beschickungs- 
abschnitt 7 zurQckgeleitet, in dem es emeut mit zu testenden ICs von denn Universaltabiett 1 
bestOckt wird, so daS dieselben Arbeitsschritte wiederholt warden. 

5 

Die IC-Transporteinrichtung 71 « die zum Transponieren von ICs von dem Universaltablett 1 zu 
dem Testtablett 3 in dem Beschickungsabschnitt 7 dient, kann den gleichen Aufbau wie die IC- 
Transporteinrichtung aufweisen, die bei dem herkfimmtichen IC*Tester benutzt wird und bereits 
beschrieben ist, und kann ein Paar sich gegenObeiiiegender paralleler Schienen 71 A und 7 IB, die 

10 oberhalb des Beschickungsabschnitts 7 an dessen sich in Richtung der Achse X gegenuberfie* 
genden Enden derart angebracht sind, dal^ sie in Richtung der Achse Y verlaufen, einen bewegli- 
chen Arm 71 C, der an den sich gegenObertiegenden Enden des Paars Schienen 71 A und 71 B, 
diese Qberspannend so angebracht ist, dal^ er In Richtung der Achse Y beweglich ist, und einen 
nicht gezeigten, beweglichen Kopf umfassen (dieser wird im Stand der Technik als Aufnehmer- ' 

15 und Positionierungskopf bezeichneth der an dem beweglichen Arm 71 C fQr eine Bewegung 
entlang dessen in Ldngsrichtung des Arms, d.h. in Richtung der Achse X, angebracht ist. 

Der bewegliche Kopf weist eine IC-Aufnehmerfidche bzw. eIn Aufnehmerkissen (IC-Greifelement) 
auf, das an seiner Unterseite in Vertikalrichtung beweglich angebracht ist. Dutch die Bewegung 

20 des beweglichen Kopfs in Richtung der Achsen X und Y und durch die nach unten gerichtete 
Bewegung des Aufnehmerkissens wird dieses Aufnehmerkissen in Aniage an den ICs gebracht, 
die auf dem sich an der fQr das Universaltablett vorgesehenen Sollposition 12 im Ruhezustand 
befindlichen Universaltablen 1 angeordnet sind, urn hierdurch diese ICs durch Unterdruckansau- 
gung anzusaugen und zu ergrelfen, um diese beispielsweise von dem Universaltablett 1 zu dem 

25 Testtablett 3 zu transportieren. Der bewegliche Kopf kann mit einer Mehrzahl von Aufnehmerkis- 
sen, beispielsweise acht Aufnehmerkissen, versehen sein, so daB acht ICs gleichzeitig von dem 
Universaltablett 1 zu dem Testtablett 3 transportiert werden kdnnen. 

We'rterhin ist eine Positionskorrektureinrichtung 2, die zum Korrigieren der Orientierung oder der 
30 Position von ICs dient und als "Prdzisionsausrichtungseinrichtung** bezeichnet wird, zwischen der 
fQr das UniversaJtablett vorgesehenen Sollposition 12 und der Anhalteposition des Testtabletts 3 
angeordnet. Die Arbeitsweise dieser IC-Positionskorrektureinrichtung 2 ist bereits vorstehend 
erldutert, so daB keine weitere Beschrsibung erfolgt. 

is Der Entladeabschnitt 8 ist ebenfalls mit einer in den RIchtungen X und Y wirksamen Transport- 
einrichtung 81 ausgestattet, deren Konstruktion identisch Ist wie diejenlge der fOr die Richtungen 
X und Y ausgelegten Transporteinrichtung 71, die fur den Beschickungsabschnitt 7 vorgesehen 
ist. Die in den Richtungen X und Y wirksame Transporteinrichtung 81 ist so angebracht, daB sie 
die erste Position A und die zweite Position B Qberspannt, und bewirkt die Umsetzung der 

40 getesteten ICs von dem Testtablett 3, das zu den Positionen A und B in dem Entladeabschnitt 8 
heraustransportiert worden ist, auf das zugehdrige Universaltablett 1 . 

Die in den Richtungen X und Y wirksame Transporteinrichtung 81 umfaBt ein Paar beabstandet 
angeordneter, paralleler Schienen 81 A und 8 IB, die oberhalb des Endadeabschnitts 8 an dessen 
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sich in Richtung der Achse X gegenOberiiegenden Enden angetmcht sind und in Richtung der 
Achse Y veriaufen; einen beweglichen Arm 81 C, der an den entgegengesetzten Enden an dem 
Paar Schienen 81 A und 81 B, diese Oberspannend, so angebracht ist, da& er In Richtung der 
Achse Y beweglich ist; und einen nicht gezeigten beweglichen Kopf (dieser wird im Stand der 
Technik als Aufnehmer- und Posittonierungskopf bezeichnetl, der an dem beweglichen Arm 71 C 
so gehaltert ist, da& er entlang dessen in Ldngsrfchtung des Arms, d.h. in Richtung der Achse X« 
beweglich ist. 

WtB bei dem gezeigten herkdmmtichen IC-Tester ist eine in Rg. 1 allerdings nicht dargestellte 
Tablett-Transporteinrichtung oberhalb der fur die zu testenden ICs vorgesehenen Lagergestelle 
und der fOr getestete fCs vorgesehenen Lagergestelle so angeordnet, daS sie stch Qber den 
gesamten Bereich dieser Lagergestelle in der Anordnungsrichtung der Gesteile (in Richtung der 
Achse X) hinweg bewegen kann. Vorstehend sind bereits die verschiedenen Ablaufe dieser 
Tablett-Transporteinrichtung einschlie&lich des Vorgangs des IHaltens eines Universaltabletts 1, 
das mit zu testenden ICs bestOckt ist. an der fOr das Universaltablen vorgesehenen Sollposition 
in dem Beschlckungsabschnitt 7, des Vorgangs des Haltens von 4 leeren Universaltabletts 1a bis 
1d an den jeweiligen, fQr die Universaltabletts vorgesehenen Sollpositionen 12 in dem Entladeab- 
schnitt 8, des Vorgangs des Lagerns eines vollstSndig gefullten Universaltabletts an der entspre* 
chenden Tablettlagerpositton, und des Vorgangs, im Fall, da8 irgendwelche getesteten ICs 
vorhanden sein sollten, die nicht zu irgendelner derjenigen Kategorien gehdren, die den bezeich- 
neten, an den Sollpositionen 12 gehaltenen Universaltabletts zugeordnet sind, des Transportie- 
rens eines Unlversaltablens, das zum Lagem solcher ICs der anderen Kategorte ausgelegt ist, zu 
der Sollposition In dem Entladeabschnitt beschrieben worden. Daher wird diese Beschreibung hier 
nicht nochmals wiederholt. 

Auch wenn bei dem gerade vorstehend beschriebenen Auf bau ledigllch ein einziger Transportpfad 
fur das Testtablett vorgesehen ist, der von der AuslaOkammer 5 durch den Entladeabschnitt 8 
hindurch zu der Anpassungskammer 41 fQhrt, wie dies auch bei dem dargesteliten herkdmmli- 
chen IC-Tester der Fall ist, sind zwei derartige Pfade von der Anpassungskammer 41 durch den 
Testabschnitt 42 hindurch zu der Auslafikammer 5 vorgesehen. Es ist somit ersichtlich, da& es 
hierdurch mdglich ist, im Test befindliche ICs, die auf zwei Testtabletts angeordnet sind, 
gteichzeitig in dem Testabschnitt 42 trotz der Tatsache zu testen, da& ein auch herkdmmlicher- 
weise benutztes Testtablett ohne Anderungen benutzt wird. Hierdurch ergibt sich eine Verdop- 
pelung des durch die Anzahl von ICs ausgedrQckten Durchsatzes bei der gleichzeitigen Messung. 
Demzufolge fOhrt diese Verdoppelung des zahlenrndBigen Durchsatzes bei der gleichzeitigen 
Messung dann, wenn eine refativ lange Zeitdauer je Test in dem Testabschnitt 42 erfordertich ist, 
zu einer Verringerung der Zeitdauer, die bis zum AbschluR des Testens aller ICs erforderlich ist, 
auf nahezu die HSIfte, was zu dem Vorteil fuhrt, daB die Testkosten je IC stark verringert 
werden. 

Hlerbei ist anzumerken, da& das Vorsehen von zwei Pfaden fOr den Transport von Testtabletts, 
die von der Anpassungskammer 41 durch den Testabschnitt 42 zu der AuslaBkammer 5 fOhren, 
wie dies bei dem vorstehend beschriebenen Auafuhrung^ispiel der Fall ist, zur Notwendigkeit 
fuhrt, fur jeden Transportpfad jeweils eine unabhdngige Antriebseinrichtung vorzusehen. In einem 
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Fall, bel dem jedoch eine relativ lange Zeitdauer je Test in dem Testabschnftt 42 ben6ttgt wird, 
muS der Betrieb der Testtablett-Transporteinrich,tiing nicht so rasch sein, so daB es mdglich ist, 
relativ kostengunstiga Testtablen-Transporteinrichtungen 2u benutzen. Die Erhdhung der Kosten, 
die durch die Bereitstellung von zwei Testtablett-TFansporteinrichtungen venirsac^t wlrd, ist dann 
5 ohne grd&ere Bedeutung. Es ist folgllch erkennbar, daft der Vortell der Verringerung der Testko- 
sten Je IC vie! stdrker in das Gewlcht fdilt* 

Bei dem Aufbau gemSQ dem vorstehend eriiuterten ersten AusfQhrungsbeispiel muS femer die 
Gesamtgrdfie des IC-Testers iediglich hinsichtlich der Tiefe, und auch hier nur ledigiich um die 

10 LSnge der kurzeren Kante des Testtabletts, vergroQert werden. Demzufolge werden die Vorteiie 
erzielt da& die Tiefenabmessung des gesamten IC-Testers sehr viel kleiner ausgelegt werden 
kann und daB das GerSt billiger hergesteUt werden kann, verglichen mtt einem Aufbau, der sich 
ergeben wQrde, wenn bei dem in Rg. 11 gezeigten IC-Tester gemSB dem Stand der Technik zwei 
Abschnitte vorgesehen wurden, die jeweils die Anpassungskammer 41, den Testabschnitt 42 

15 und die Ausia&kammer 5 umfassen, um hiermit zwei Transporcpfade fOr Testtabletts bereitzu* 
stellen, die sich von der Anpassungskammer 41 durch den Testabschnitt 42 zu der Auslai&kam- 
mer 5 erstrecken. 

Bekanndich hSngt die Anzahl von ICs, die in dem Testabschnitt 42 gleichzettig getestet werden 
M kdnnen, von der Anzahl von IC-SockeIn ab, die an e^em Testkopf angebracht werden kflnnen. 
Die Testkdpfe werden separat von dem Hauptgerdt des iC^Testers (dieses wird im Stand der 
Technik als "IWlain Frame" bezeichnet) aufgebaut und werden in dem Testabschnitt der Mandha- 
bungseinrichtung montlert. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daft der IC-Tester 
ublicherweise so ausgestaltet wird, daB er die ZurGckfuhrung bzw. Herausnahme von Testkdpfen 
2s zur Ruckseite der Handhabungseinrichtung hin emidglicht, was sich aufgrund der BerOcksichti* 
gung des erheblichen Gewichts der Testkopfe und auch aufgrund der BerQcksichtigung der 
Tatsache ergibt, daB die TestkOpfe in Abhdngigkeit von dem Typ der jeweils zu testenden ICs, 
des Inhalts der Tests, der Gr6Be der benutzten Testtabletts und anderen ausgetauscht werden. 

n Es ist fur den Fachmann ersichtlich, daB eine Erhdhung der GroBe des Testkopfs bei dem 
Versuch, die Anzahl von IC-SockeIn zu erhdhen, die an dem Testkopf angebracht werden 
konnen, dazu fuhrt, daB ein vergraBerter Raumbedarf erforderlich ist der zum Anbringen des 
groB bemessenen Testkopfs zur VerfOgung gestetlt werden muB. Dies fOhrt zu einer uberma&lgen 
GroBe der Handhabungseinrichtung, was letztendlich zu einer betrdchtlichen Vergr^Berung des 

3s IC-Testes insgesamt fOhrt, wenn zusStzlich auch noch der Raumbedarf in Betracht gezogen wird, 
der zur Erielchterung der Herausnahme des Testkopfs von der Ruckseite der Handhabungseinrich- 
tung her bendtigt wird. Zudem fuhrt das erhdhte Gewicht des Testkopfs auch noch zu dem 
Problem, daB ein einzelner Benutzer nicht imstande ist, den Vorgang des Austauschs der 
Testkdpfe durchzufOhren. Im Hinblick hierauf Ist es bevorzugt, daB die GrdBe des Testkopfs so 

40 klein wie m5glich ist, und es wird demzufolge seine Grdfie im allgemeinen in AbhSngigkelt von 
der GraBe der verwendeten Testtabletts festgelegt. 

Im Hinblick hierauf ist an der Oberseite des Testkopfs eine Anpassungsplatine (Performance- 
Platine) angebracht, an der IC-Sockel montiert sind. Oa die Gr6Be der Befestigungselnrichtung 
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(diese wird im Stand der Technik als "Hi-fix*) bezeichnet, die fQr die Montage des Testkopfs in 
dem Testabschnitt 42 der Konstanttemperaturkammer 4 vorgesehen ist in AbhSngigkert von der 
GrdSe des Testkopfs festgelegt wird, besteht auch eine Grenze hinsichdich der Anzaht von IC- 
Sockein, die an der Anpassungsplatine angebracht werden kdnnen und die Ober diese Anpas* 
3 sungsplatine mit der Medschaitung (einschlle&lich Treibem, Verglelchern und weiteren Kompo- 
nenten) elektrisch verbunden werden kdnnen, die in dem Inneren des Testkopfs enthaiten ist, 
Wenn beispielsweise das Testtabiett 3, das in Rg. 12 gezeigt ist, so groS bemessen wird, da& es 
64 ICs aufnehmen kann, ist es mdglich, bis zu 32 IC*Sockel an der Anpassungsplatine anzubrin- 
gen. Demzufotge ist es in dem Fail daB die Aufnahmekapazitfit des Testtabletts fQr 64 StQcke 

to ausgelegt ist, eine in der Praxis ubiiche Vorgehensweise, die ICs in zwei Chargen zu testen, 
wobei jede Charge 32 ICs (die Haifte der gesamten Anzahl von ICs) fur eine gleichzeitige 
Messung umfaEt. Dies liegt daran, daB die Anzahl von ICs, die gleichzeitig getestet werden 
kdnnen (zahlenmafiiger Durchsatz bei der gieichzeitigen Messung) maximal 32 ist. Es ist folglich 
nicht mdglich, alls 64 auf dem Testtabiett 3 befindlichen ICs gleichzeitig in dem Testabschnitt 42 

15 zu testen. Hierbei ist anzumerken, daB in manchen Fallen 64 IC-Sockel an dem Testkopf 
angebracht werden kdnnen, wie dies unter Bezugnahme auf Fig. 14 angegeben ist. Falls die 
Anzahl von ICs, die auf einem Testtabiett aufgebracht werden kdnnen, dadurch erhdht wind, dafi 
das Testtabiett vergrd&ert wird, indem dessen Abmessungen in Richtung der Achse Y und/oder 
X erhdht wird, ist es mdglich, die GrdSe des Testkopfs dementsprechend zu vergrdfiem, so da& 

20 die Anzahl von IC-SockeIn, die an dem Testkopf (Anpassungsplatine) angebracht werden kdnnen, 
vergrdRert werden kann. Hierdurch ergibt sich eine Erhdhung der Anzahl von ICs, die gleichzeitig 
in dem Testabschnitt 42 getestet werden kdnnen. Eventuell kann die fur den IC-Test in dem 
Testabschnitt 42 bendtigte Testzeitdauer verringert werden. Jedoch ist eine einfache VergrdSe- 
rung der AuSenabmessungen des Testtabletts 3 nicht erwOnscht, da sich dies in vielerlei Hinslcht 

25 auf unterschiedliche Telle des gesamten IC-Testes auswirken wQrde. 

Die GrOnde hierfOr liegen in folgendem: Wie in den Fig. 1 und 1 1 gezeigt Ist, enthait die Kon- 
stanttemperaturkammer 4 die Anpassungskammer 41 und den Testabschnitt 42, der an die 
Anpassungskammer 41 an deren rechter Seite, bei einer Betrachtung in Richtung der Achse X, 

M angrenzt, wobei wiedenim an den Testabschnitt 42 auf dessen rechter Seite, gesehen in 
Richtung der Achse X, die Auslafikammer 5 angrenzt. Femer sind der Beschlckungsabschnitt 7 
und der Entladeabschnitt 8 vor der Konstannemperaturkammer 4 bzw. vor der Ausla&kammer 5 
angeordnet und grenzen an diese In Richtung der Achse Y an. Diese Anpassungskammer 41, 
dieser Testabschnitt 42, der Beschickungsabschnitt 7 und der Entiadeabschnitt 8 stellen sdmtllch 

35 unabdingbare Komponenten fQr den IC-Tester dar, wobei kelne dieser Komponenten weggelassen 
werden kann. 

Wenn nun angenommen wird, daft die Beladungskapazitdt des Testtabletts dadurch verdoppelt 
wird, da& lediglich die Au&enabmessung des Testtablens 3 in der Y-Achsenrichtung verdoppelt 
40 wird, wghrend die AuSenabmessung des Testtabletts in Richtung der Achse X unverandert 
beibehalten wird, wurde die Oberflichengrd&e des Testtabletts 3 auf das Doppelte erhdht 
wenien. Dies fOhrt wiederum zu der Anfordenjng, daS die von der Anpassungskammer 41 und 
dem Testabschnitt 42 in der Konstanttemperaturkammer 4 bendtigte Riche verdoppelt wird. Im 
Hinblick auf den Beschickungsabschnitt 7 und auch auf den Entladeabschnitt 8 wQrde ebenso 
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eine doppolt so gro6e Rdche mindestens fur den Transportpfad fOr das Testtablatt bsnotigt 
werdan. Falls somit die AuSenabmessung des Tasttablatts 3 in Richtung der Achse Y verdoppatt 
wurde, was mit der Erhohung der OberfiachengrdBe des Testtabletts 3 auf das Doppelte 
verknQpft ware, wQrden die Abmessungan des IC-Testars in Richtimg der Achse Y (nach vome 
3 und hinten weisende Richtung), die durch Summierung der Konstanttemperaturficammer 4 (oder 
der Au^a&kammer 5) und des Beschickungsabschnrtts 7 (oder des Entladeabschnitts 8) ermtttelt 
wird, auf ungefahr das Zweifache erhdht werden, da 2 + 2^4 bei der Ausfuhrungsform gema& 
dam Stand der Technik gift. 

10 Wenn jedoch zwei Transportpfade fur die Testtabletts vorgesehen sind, die sich von der 
Anpassungskammer 41 durch den Testabschnitt 42 hindurch bis zu der AuslafiEcanruner 5 
erstrecken, wie dies bei dem vorstehend eriSuterten ersten AusfQhrungsbeispiel der Fall ist, 
warden die FlSchen, die von der Anpassungskammer 41 « dem Testabschnitt 42 und der 
Auslafikammer 5 jeweils bendtigt werden, verdoppelt. OemgegenOber bleiben aber die Rdchen, 

15 die von dem Beschickungsabschnitt 7 und dem Entladeabschnitt 8 bendtigt warden, in ihrer 
Gr6Se gleich groU (das einfache) wie bei dem gezeigten herkammtichen tC-Tester. Die Abmes- 
sungen des IC-Testers in Richtung der Achse Y (nach vome und hinten weisende RIchtung), die 
sich durch Aufsummieren der Konstanttemperaturkammer 4 (oder der Auslafikammer S) und des 
Beschickungsabschnitts 7 (oder des Entladeabschnitts 8) ergeben, erhdhen sich lediglich um das 

zg Etneinhalbfache, da 2 + 1 s 3 ergibt. 

Wie vorstehend eriautert, bietet das erste AusfQhrungsbeisptel gemSQ der vorliegenden Erfindung 
im Unterschied zu einem Fall, bal dem die Oberfiachengrdfie oder die Beladungskapazitdt eines 
Testtabletts verdoppelt wird, den Vortell daB die fOr den iC-Tester erfordediche Rdche lediglich 

2s im Htnbllck auf die Abmessungen des IC-Testers in Richtung der Achse Y (nach vorne und hinten 
weisende Richtung)* die durch Aufsummieren der tConstanttemperaturkammer 4 (oder der 
AuslaBkammer 5) und dem Beschickungsabschnitt 7 (oder dem Entladeabschnitt 8) gebildet wird, 
lediglich um ungefahr das Bneinhalbfache erhdht werden mu8, und zwar trotz der Tatsache, dafi 
die Anzahl von ICs* die gleichzeitig in dem Testabschnitt 42 getestet werden kannen, verdoppelt 

30 worden ist. Aufgrund des Vorhandenseins des Lagerabschnitts 1 1 zum Lagern von Universaltab- 
ietts ergibt sich zudem, dafi die Vergrdfierung des Rachenbedarfs des IC-Testers (Handhabungs- 
einrichtung) im Hinblick auf die Y-Achsenrichtung noch kleiner ist als der Faktor 1,5, so da& die 
Grdt&e des IC-Testers insgesamt gesehen nicht sehr groB ist. 

IS Femer umfa&t das Testtablett 3, wie vorstehend erwahnt einen rechteckfdrmlgen Rahmen 30 
und eine iVfehrzahl von IC*Tr§gem 34 zum Aufnehmen von ICs, die durch den Rahmen 30 
gehaiten werden, wobet alia diesa Telle aus dem vorstehend angegebenen Material hergestellt 
sind, das im Stande ist, Testmessungen zu verkraften, die uber einen breiten Temperaturbereich 
hinweg durchgefuhrt werden, der von -55®C bis +125^C reicht. Eine Aggregation aus 64 IC- 

40 Trdgem 34 weist ein betrdchtlich schweres Gewicht auf. Der Rahmen 30, der die IC-Trager hilt, 
besitzt ebenfalls recht betrachtliches Gewicht, da er eine Konstruktion aufweisen mu&, die 
ausreichend stabil Ist, damit die recht schweren IC-Trdger 34 gehstten werden kdnnen. Demzu- 
folge ist die Summe aus dem Gewicht der 64, auf dem Testtablett befindlichen IC-Trfiger 34 und 
dem Gewicht des Rahmans 30 recht erhebdch. Hinzu tnn noch, dafi eine Verdopplung der 
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Au&Bnabmessung des Testtabletts 3 in Richtung der Achse Y ebenfalls zu einer Erhdhung von 
dessen Gewicht auf ungefihr das Zweifache f Qhren wurde. 

Wenn Testtabletts anfdnglich In die Handhabungseinrichtung eingebracht Oder ausgetauscht 
s warden, tragt ubiicherweise ein einzelner Benutzer eine Mehrzahl von Testtabletts In aufeinan* 
dergestapelter Form. Im Hlnblick auf die vorstehenden Ausfuhrungen wurde demgegenuber eIne 
VergrdGerung des Gewlchts der Testtabletts gem§& den vorstehenden Dariegungen dazu fuhren, 
da& es fQr einen einzelnen Benuuer schwierig wird, sotche Testtabletts zu handhaben. 

to Da femer der Rahmen 30 und die Leisten 31 des Testtabletts 3 aus einer Aluminiumlegierung 
hergestellt stnd und Temperaturen uber einen brelten Temperaturbereich hinweg, der 180°C 
ubersteigt und von -55 ■'C bis i-125''C reicht ausgesetzt tst* wird die Aufienabmessung des 
Testtabletts stark durch thermische Expansion/Kontraktion beeinfluBt. Eine Verdopplung der 
auderen Abmessung des Testtabletts 3 in Richtung der Achse Y wQrde naturgemSB zu einer 

15 VergrdBerung der thermischen Expansion/Kontraktion um den Faktor 2 fQhren* EIne derartige 
erhohte thermische Expansion/Kontraktion des Testtabletts 3 fuhrt mit groBer Wahrscheinlichkeit 
dazu, daB die Genauigkett des elektrischen Kontakts zwischen IC-SockeIn, die auf dam 
Testtablett angeordnet sind, und dem IC-Socket, der an der Anpassungsplatine des Testkopfs 
angebracht ist, geringer wird. 

20 

Das vorstehend erl&uterte erste AusfGhrungsbeispiel gemaB der voiiiegenden Erfindung eriaubt 
demgegenOber aber die Benutzung der herkammlichen Testtabletts in unverdnderter Form, da 
zwei Transportpfade fQr die Testtabletts lediglich fur denjenigen Abschnitts des Pfads vorgese- 
hen sind, der sich von der Anpassungskammer 41 durch den Testabschnitt 42 hindurch bis zu 

25 der AuslaBkammer 5 erstreckt. Demgegenuber bleibt der Transportpfad fur die Tesuabletts, der 
sich von der AuslaBkammer 5 durch den Entladeabschnitt 8 bis zu der Anpassungskammer 41 
erstreckt, ein einfacher Transportpfad, wie dies auch bei dem dargestellten IC-Tester gemaB dem 
Stand der Technik der Fall 1st. Demgegenuber unterscheidet sich das erste AusfQhaingsbeisplel 
Qberhaupt nicht von dem IC-Tester gemaB dem Stand der Technik Im Hinblick auf das Gewicht 

30 und die thermische Expansion/Kontraktion der Testtabletts. 

Es ist hier anzumerken, daB In etnem Fall, bei dem die je Test in dem Testabschnitt 42 bendtigte 
Zeitdauer gering ist, nur eine gertnge oder kaum eine Notwendigkeit besteht, den zahlenrndBigen 
Durchsatz bei der gleichzeitigen Messung von ICs zu erh6hen, wie dies bei dem ersten Ausfuh- 

» rungsbeispiel der Fall ist, sondem daB es dann von erhdhter Wichtigkert ist* die Anzahl von ICs 
zu vergrdBem, die pro Zelteinhert von der Transport- und Handhabungseinrichtung einschlieBlich 
der Transporteinrichtungen 71 und 81 bei dem Beschickungsabschnitt 7 bzw. dem Entladeab- 
schnitt 8 gehandhabt warden k6nnen (Verringerung der Zeit, die zum Handhaben von ICs 
benfitlgt wird). Allerdings ist eine Vergrdfiemng der Anzahl von ICs, die pro Zeiteinheit gehand- 

40 habt werden kdnnen, mit recht hohen Kosten behaftet, und es ist auch schwierig, die Anzahl von 
gehandhabten ICs uber eine bestimmte Grenze hinweg zu erhdhen. 

Im Hinblick hierauf ist es bevorzugt, daB die Ausgestaltung gemdB dem zweiten AusfGhrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erfindung, wie es in Rg. 2 gezeigt ist, in einem Fall eingesetzt wird, bei 



ADVANTEST CORPORATION 
PCT/JP9S/02979 



35 99/70800 WO OE 



dem eine relativ kune Zeitdauer pro Test in dem Testabschnitt 42 erforderfllch ist* Wie aus Rg. 2 
ersichtlich \st, ist bei dem zwerten AusfQhrungsbeispiel der Transportpfad fur die Testtabietts in 
demjenigen Abschnitt des Pfads, der von der Anpassungsimmmer 41 durch den Testabschnin 42 
hindurch bis zu der AustaSkarrwier 5 verliuft, wie bet dem gezeigten IC^Tester gema& dem Stand 
der Technik nur einfach bzw. als einzelner Transponpfad ausgelegt. DomgegenQber ist aber die 
Tiefe (Lange in Richtung der Achse Y) des Beschickungsabschnitts 7 und des Entfadeabschnitts 8 
um eine Strecke vergrdfiert, die ungefdhr einer Querbreite (Ldnge der klelneren Kante) des 
rechteckfdrmigen Testtabietts 3 entspricht, und es sind zwei fm wesentlichen parallele Trans- 
portpfade fur die Testtabietts 3 fQr denjenigen Abschnitt des Transportpfads vorgesehen, der 
sich von dem Entladeabschnitt 8 bis zu dem Beschickungsabschnitt 7 erstreckt. Daher kannen 
zwei Testtabietts 3 gemaft der Darstellung gfeichzeitig entiang dieser beiden Transportpfade 
transportiert werden. 

Auch be! diesem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist demgemSfi die gesamte Breite <LSnge in 
Richtung der Achse Y) der beiden Transportpfade ungefahr gleich gro& wie die Summe der 
Querbreiten von zwei Testtabietts. Das Vorsehen von zwei Transportpfaden fuhrt damit zu einer 
Vergr5Berung der Tiefe (Lange in Richtung der Achse Y) des IC-Testers um ledigllch eine Strecke, 
die ungefdhr gleich gro& ist wie die Lange des kurzeren Rands des Testtabietts 3. 

Damit die Anzahl von ICs, die durch die Transfiort- und Handhabungseinrichtung einschlieGKch 
dsr fOr die Richtungen X und Y vorgesehenen Transporteinrichtungen 71 und 81 bei dem 
BeschickungsabschnItt 7 bzw. dem Entladeabschnitt 8 gehandhabt werden kdnnen, noch wetter 
erhdht werden kann, wire es ideaL eine Transport- und Handhabungseinrichtung zu benutzen, 
die beispielsweise imstande ist 64 zu testende iCs von einem UniversaKablett in alia 64 IC- 
Trager 64 eines Testtabietts 3 durch eine einzige Betatigung in den Beschickungsabschnitt 7 zu 
bringen und alle 64 getesteten ICs von dem Testtablett 3 mit einer einzigen Bet3tigung in dem 
Entladeabschnitt 8 herauszunehmen (zu ergreifen). Jedoch befindet sich gegenwdrtig keine 
derartige Transport- und Handhabungseinrichtung im praktischen Ensatz. 

Auch wenn es nicht mdglich ist, alio 64 zu testenden oder bereits getesteten ICs (diese entspre- 
chen zahlenmdBig der Beladungskapazitat eines Testtabietts) gleichzeitig zu ergreifen, ist es 
demgegenuber aber rndgiich, zu erreichen, daB die Transport- und Handhabungseinrichtung 
elnschlieQIich der fur die Richtungen X und Y vorgesehenen Transporteinrichtungen 71 und 81 
mehr als acht noch zu testende oder bereits getestete ICs insgesamt gleichzeitig zu ergreifen, 
beispielsweise 10 oder 12 ICs. Zu diesem Zweck ist es eiforderlich, da& so viele noch zu 
testende ICs oder bereits getestete ICs wie mdglich in dem Beschickungsabschnitt 7 bzw. in dem 
Entladeabschnitt 8 vorhanden sind. Der Gnjnd hierfdr besteht dartn, daft dann, wenn die Anzahl 
von noch zu testenden ICs oder bereits getesteten ICs, die in dem Beschickungsabschnitt 7 bzw. 
in dem Entladeabschnitt 8 vorhanden sind, groBer ist als diejenige Anzahl von ICs, die von den 
fOrdie Richtungen X und Y vorgesehenen Transponetnrichtungen 71 und 81 gehandhabt werden 
kannen (die Anzahl von Aufnahmekissen eines beweglichen Kopfes (Aufnahme- und Posltionie- 
rungskopf))« nur eine geringere Wahrscheinlichkeit besteht, daft einige der Aufnehmerkissen der 
beweglichen K6pfe dieser fOr die Richtungen X und Y vorgesehenen Transporteinrichtungen in 
einem teeren Zustand (ohne ein ergriffenes tC) bewegt werden, wodurch ein noch effizjenterar 
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Transport der ICs sichergestellt wird. und zwar auch in einem Fall, wenn die Anzahl von ICs, die 
gleichzeitig durch die fQr die Richtungen X und Y vorgesehenen Transporteinrichtungen 71 und 
81 gehandhabt werden kdnnen, begrenzt ist. 

5 Dies ist der Grund dafur, daS bei dem zweiten, in Rg. 2 dargestellten AusfOhrungsbeispfel zwei 
im wesentlichen paraJlele Transportpfade fOr die Testtabletts bei demjenigen Abschnitt des 
Transponpfads fur die Testtabletts vorgesehen ist, der sich von dem Entladeabschnitt 8 bis zu 
dem Beschidcungsabschnttt 7 erstreclct, und dafi der Entladeabschnitt 8 etn Anhalten von 
insgesamt vier Testtabletts ermdgilcht, und zwar von jewetis zwei Testtabletts an der ersten und 

10 an der zweiten Position A und B. DemgegenOber bietet der Beschlckungsabschnftt 7 Platz zum 
Halten von zwei Testtabletts in ihm. 

Durch diese Ausgestaltung wird die Anzahl von getesteten ICs, die in dem Entladeabschnitt 8 
vorhanden sind, im Vergleich zu dem IC-Tester gemaft dem Stand der Technik um den Faktor 

13 zwei erhdht, so da& es hierdurch der Transport- und Handhabungseinrichtung einschliedlich der 
fOr die Richtungen X und Y ausgelegten Transporteinrichtung 81 mdgltch ist, getestete ICs 
effizient zu transportieren. Da weiterhin zwei Testtabletts jeweils in dem Beschickungsabschnitt 
7 stationer vorhanden sind, ist die Transport- und Handhabungseinrichtung einschlieQIich der fur 
die Richtungen X und Y vorgesehenen Transporteinrichtung imstande, zu testende ICs von zwei 

ao Universaltabletts, die mit im Test befindlichen ICs bestQckt sind und an den fQr die Unhfersaltab- 
letts vorgesehenen Sollpositionen 12 in dem Beschickungsabschnitt 7 angehatten sind, auf die 
betden Testtabletts in effizienter Weise zu ubertragen. Demzufolge bietet diese Ausgestaltung 
den Vorteil, da& die Testzeitdauer bei dem iC-Tester insgesamt verringert ist. 

35 Die Vorteile des vorstshend eriduterten zweiten Ausfuhrungsbeispiels werden nun auf der 
Goindiage von speziellen numerischen Werten tm HInblick auf den Entladeabschnitt 8 unter 
Bezugnahme auf Rg. 3 ndher eriiutert. 

Rg. 3 zeigt die Kategorien von 64 getesteten iCs, die auf einem Testtablett 3 angeordnet sind, 
30 das sich in dem Entladeabschnitt 8 in Stillstand befindet. Im einzelnen ist hierbei in Fig. 3 (a) der 
Fall gezeigt, da& ein Transportpfad fOr Testtabletts in demjenrgen Abschnitt des Tablett-Trans- 
portpfads vorhanden ist, der von dem Entladeabschnitt 8 zu dem Beschickungsabschnitt 7 
veriSuft, wie dies bei dem IC-Tester gemSfl dem Stand der Technik der Fall 1st. DemgegenOber ist 
in Rg. 3 (b) der Fall veranschauiicht, da& zwei Transportpfade fur die Testtabletts in demjenigen 

39 Abschnitt des Tablett-Transportpfads vorhanden sind, der sich von dem Entladeabschnitt 8 bis zu 
dem Beschickungsabschnitt 7 erstreckt. Auch wenn in Rg. 3 (b) ein Fall gezeigt 1st, bei dem auf 
beiden Testtabletts gemdH der Darstellung jeweils getestete ICs vorhanden sind, die jeweils 
dieselben Kategorien aufweisen und In denselben Positlonen angeordnet sind, stellt dies lediglich 
ein Beispiel dar. FQr den Fachmann ist offensichtlich. daft die Positionen, die den unterschledli- 

40 Chen Kategorien zugeordnet sind, oftmals von einem Tablett zum anderen varileren kdnnen. 



Wie aus Rg. 3 ersichtlich ist, gehdren bei diesem Beispiel die meisten der getesteten ICs, die auf 
einem Testtablen 3 angeordnet sind, zu der Kategorie 1 , wdhrend nur einige wenlge ICs zu den 
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Kategorien 2 und 3 gehdran (die in dem Testtablett 3 eingetragenen Zahlen 1, 2 und 3 reprdsen- 
tieran jeweils die Kategorien). 

Der bewegliche Kopf fur die fOr die Richtungen X und Y ausgelegte Transporteinrichtung tst mit 
5 vier Aufnehmerkissen versehen. Mit Aumahme der Anzahl von Transportbewegungen fOr die 
getesteten ICs der getesteten ICategorie 1 kdnnen die Transportbewegungen des beweglichen 
Kopfes der fur die Richtungen X und Y vorgesehenen Transporteinrichtung insgesamt zweimal 
durchgefQhrt werden, und zwar einmal fur aile jeweils getesteten ICs der Kategorien 2 und 3 in 
dem in Fig. 3 (a) gezeigten Fall. In gleichartiger Weise fOhrt der bewegliche Kopf bei dem in Rg. 
10 3 (b) gezeigten Fall, bei dem sich zwei Testtabtetts 3 In der ersten Position A im Stillstand 
befinden* insgesamt zwei Transportbewegungen durch, und zwar jeweils eine fur alle jeweils 
getesteten ICs der Kategorien 2 und 3. 

Wie vorstehend angegeben, ist die Anzahl von Transportbewegungen des beweglichen Kopfs 
15 jeweils gleich zwei fOr die getesteten ICs der Kategorien 2 und 3, und zwar sowoht im Fall 
gem&fi Rg. 3 (a) als auch im Fall gemaB Rg. 3 (b). Hierbei ist festzustellen, dafi sich im Fall von 
Fig. 3 (a) lediglich ein einziges Testtablett im Stillstand befindet, wohingegen im Fall von Rg. 3 
(b) zwei Testtabletts im Stillstand vorhanden sind. Da im Fall der Rg. 3 (a) die gleichen Trans- 
portbewegungen fQr die beiden Testtabletts wiederholt werden, ist, anders ausgedrOckt, die 
30 gesamte Anzahl von Transportbewegungen des beweglichen Kopfs gleich vier und ist damit 
doppelt so groQ die gesamte Anzahl von Transportbewegungen im Fall der Rg. 3 (b^ Es ist damit 
ersichtlich, dafi der vorstehend beschriebene IC-Tester gem^B dem zweiten AusfOhrungsbeispiel 
zu einer Verbesserung des Transportwiricungsgrads beim Transport in dem Entladeabschnitt 8 um 
den Faktor 2 fOhn. 

25 

Falls die Anzahl von Kategorien von getesteten ICs noch weiter vergrdl&ert wird, kann der Fall 
auftreten, da& mehr Kategorien von getesteten ICs vorhanden sind als es der Anzahl von 
Universaltabletts entspricht, die in den fOr die Universaltabletts vorgesehenen Soilpositionen 12 
in dem Entladeabschnitt 8 bereitgehalten werden. Wie bereits vorstehend eriautert, ist es in 

30 einem solchen Fall erforderiich, Vorgange zum Austauschen von Universaltabletts auszufuhren, 
bei denen einige der Universaltabletts, die in den fOr die UrUversaltablens vorgesehenen Soilposi- 
tionen 12 angeordnet sind, zu dem Lagerabschnin 11 zurQckgefOhrt werden und als Ersatz 
hlerfOr die Universaltabletts fur die entsprechende Kategorie Oder Kategorien herbeigefOhrt 
werden. Dieser Austauschvorgang bendtigt jedoch eine erheblich lange Zeitdauer, was zu dem 

» Problem fuhrt, da& sich die Testzeit veri§ngert« 

Damit die erforderliche Haufigkeit des Austausches von Universaltabletts auf einen Mlndestwert 
gebracht werden kann, ist es bevorzugt, dafi so viele getestete ICs wie mOglich in dem Entlade- 
abschnitt 8 untergebracht werden kdnnen. In einem Fall, bei dem nicht viele getestete ICs auf 
40 den Testtabletts angeordnet sind, die sich in dem Entladeabschnitt 8 im Ruhezustand befinden, 
besteht ndmlich dann, wenn der Vorgang des Austauschs von Universaltabletts erforderlich ist, 
um getestete ICs, die auf etnem ersten Testtablett angeordnet sind, zu sortieren und handzuha- 
ben, die hohe Wahrscheinltehkeit, dafi der Vorgang des Austauschs von Universaltabletts auch 
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erfordertich wird, um getestete ICs, die auf einem zweiten Testtablett angeordnet sind, zu 
soitieren und handzuhaben. 

Falls die Anzahl von getesteten ICs« die auf einem Testtablett 3 angeordnet sind, verdoppelt 
s wird, kann davon ausgegangen warden, da& die erforderliche Hiufigkeit des Austauschs von 
Universaitabletts auf die HSIfte verringert warden Ccann. Wie vorstehend angegeben, wurde 
jedoch eine Verdopplung der Beladungskapazttdt der Testtabletts 3 durch einfache Verdopplung 
der Au&enabmessungen des Testtabletts in Richtung der Achse Y und Beibehattung der Au&en- 
abmessung in Richtung der Achse X in unverandarter Weise mit den venschledenen, vorstehend 
10 erl3uterten Probtemen behaftet sein. Wenn jedoch wie bei dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel zwel 
Transportpfade fur die Testtabletts in demjenlgen Abschnitt des Transportpfads bereitgestellt 
werden, der sich von dem Entladeabschnitt 8 bis zu dem Beschickung^bschnitt 7 erstreckt, so 
daB zwei Testtabletts gieichzeitig transportiart warden kdnnen, wird naturgema& durch die 
beiden Testtabletts die doppelte Beladungskapazitat eines einzigen Testtabletts bereitgestellt, 
15 wobei nun aber kein einziges der vorstehend angegebenen unterschiedlichen Probleme auftritt. 
Zudem warden zusdtzliche Vorteile dahlngehend erzielt, dafi die Ausgastaltung und die Grfifie der 
Konstanttemperaturkammer 4 und der AuslaSkammer 5 In keiner Weise beeintrichtigt werden 
und daB die herkdmmlictien Testtabletts in unveranderter Weise benutzt werden konnen. 

30 Im folgenden wIrd die Arbartsweise das IC-Testers, der gemSB dem zweiten, vorstehend 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel aufgebaut ist, nun kurz eriautert. Zu testande ICs werden von 
Universaitabletts auf zwei Testtabletts transportiert, die sich in dem ersten Transportpfad (dem 
oberan Transportpfad gamaB der Darstellung in der Zeichnung) und dem zweiten Transportpfad 
(dem unteren Transportpfad gemiB der Darstellung in der Zeichnung) jeweils in dem Be- 

3$ schlckungsabschnitt 7 im Stillstand befinden. Wenn das Testtablett in dem ersten Transportpfad 
gefOIlt Ist, wird as in die Anpassungskammer 41 fOr die Anordnung auf der obersten, zum Halten 
von Testtabletts ausgelegten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung in der Anpassungskammer 
transportiert. Sobald das neu aufgenommene Testtablett in die nSchst untere, zum Halten von 
Testtabletts ausgelegte Stufe durch die Vertikaltransporteinrichtung abgesenkt worden ist, wird 

30 das nachste Testtablett, das mit zu testenden ICs gefullt ist, von dem zweiten Transportpfad in 
die Anpassungskammer 41 geleitet, um dort auf der obersten, zum Halten von Testtabletts 
ausgelegten Stufe der Vertikattransportelnrtchtung angeordnet zu werden. 

Wenn die beiden Transportpfade in dem Beschickungsabschnitt 7 von den Testtabletts geleert 
93 sind, werden zwei Testtabletts, die im AnschluB an den AbschluB der Durchfuhrung des 
Sortiervorgangs der getesteten ICs geleert worden sind, von dem Entladeabschnitt 8 zu dem 
Beschickungsabschnitt 7 transportiert. Wenn die zweite Position B in dem Entladeabschnitt 8 
leergerdumt ist, werden zwei Testtabletts, die sich in der ersten Position A in Ruhe befinden, 
durch die beiden jeweiilgen Transportpfade von den ersten Positionen A zu der zweiten Position 
4 B im AnschluB an den AbschluB des Sortiervorgangs bei der ersten Position A transportiert. Nach 
der Entfemung der Testtabletts aus den beiden Transportpfaden in dem Entladeabschnitt 8 
werden Testtabletts, die mit getesteten ICs bestOckt sind, von denen die WSmne Oder tCitte 
abgef Qhrt ist, von der obersten, zum Halten von Testtabletts ausgelegten Stufe der Vertikaltrans- 
porteinrichtung in der AuslaBkammer 5 zu der ersten Position A in dem zweiten Transportpfad in 
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dem Entladeabschnitt 8 geleitet* wonach dann Testtabletts. die mit getBsteten ICs bestOckt sind 
und neu in die oberste Testtabletthaltestufe der Vertikaltransporteinrichtung in der Ausla&lcammer 
5 angehoben worden sind, zu der ersten Position A in dem ersten Transportpfad in dem 
Entladeabschnitt 8 ausgegeben werden. 

Die Betdtigung der Vertikaltransporteinrichtung in der Anpassungskammer 41, der Testvorgang 
(Messung) in dem Testabschnitt 42, die Betatigung der Vertikaltransporteinrichtung in der 
Ausla&kammer 5 usw. sind identisch wie diejenigen bei dem in Rg. 11 gezeigten IC-Tester 
gemaft dem Stand der Technik, so dal^ eine weitere Beschrelbung dieser Vorgdnge weggelassen 
wird. Auch bei diesem AusfOhrungsbeispiel ist eIne Posttionskorrekturelnrichtung 2 zum 
Komgieren der Orientterung oder der Positionen von ICs, die als "Prazisionsausrichtungseinrich- 
tung" bezeichnet wird, zwischen der f Qr die Universaltabletts vorgesehenen Soilposltion 1 2 und 
der Anhatteposition fOr das Testtablett 3 angeordnet. Die Funktion dieser IC-Posltionskorrektur- 
einrichtung 2 ist bereits vorstehend erlautert, so da& eine weitere Beschreibung derselban 
entfdiit. 

Weiterhin sind auch der Sortiervorgang, der Ablauf des Austausches von Universaltabletts usw. 
in dem Entladeabschnitt 8 im wesentlichen die gleichen wie bei dem herkdmmlichen iC-Tester, 
der in Rg* 1 1 gezeigt ist, mit der Ausnahme, daS die Anzahl von gehandhabten Testtablens 
verdoppelt ist. Damit werden auch diese Aspekte nicht nochmals wiederholt beschrieben. Es sei 
hrer ledigllch festgestellt, da& bei einer alternativen Ausgestaltung separate, fur die Richtungen X 
und Y ausgelegte Transporteinrichtungen fur die erste und die zweite Position A und B vorgese- 
hen sein konnen, um hierdurch die Rate bzw. Geschwindigkeit der Handhabung von getesteten 
ICs noch welter zu verbessem. Dann kann auch die Aufnahmekapazitat des Puffers fur ICs, der 
zwischen den Anhaltepositionen A und B fur das Testtablett und den Positionen der Universal- 
tablens la bis Id angeordnet ist, noch wetter im Hinblick auf die Anzahl von getesteten ICs 
erhdht werden, die zeitweilig In dem Pufferabschnitt 6 gehaiten werden kdnnen. 

Wie bei dem gezeigten herkdmmlichen IC-Tester ist eine Tablett-Transporteinrichtung oberhalb 
der fur die noch zu testenden ICs vorgesehenen Lagergestelle und der fOr bereits getestete ICs 
vorgesehenen Lagergestelle fOr eine Bswegung Qber den gesamten Erstreckungsberelch dieser 
Lagergestelle hinweg in der Anordnungsrichtung der Gestelle (in Richtung der Achse X) angeord- 
net, auch wenn diese Tablett-Transporteinrichtung in Rg, 2 nicht gezeigt ist. Die Arbeitsweise 
dieser Tablett-Transporteinrichtung ist bereits vorstehend beschrieben, so da& hier keine weitere 
Beschreibung wiederholt wird. 

Bei dem Aufbau gemdft dem beschriebenen zweiten AusfOhrungsbeispiel ist lediglich ein 
Transportpfad fQr den Transport von Testtabletts vorgesehen, der von dem Beschickungsab- 
schnitt 7 durch die Anpassungskammer 41 und den Testabschnitt 42 in der Konstanttemperatur- 
kammer 4 sowie durch die Auslal^kammer 5 hindurch bis zu dem Entladeabschnitt 8 verlduft, wie 
dies auch bei dem gezeigten IC-Tester gemaft dem Stand der Technik der Fall Ist. Demgagenuber 
kdnnen jedoch auch zwei derartige Transportpfade fur den Entladeabschnitt 8 bis zu dem 
Beschickungsabschnitt 7 vorgesehen sein. Es ist somit verstdndlich, dafi es dieser Aufbau 
eriaubt da& insgesamt vier Testtabletts, und zwar jeweils zwei fur die erste und die zweite 
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Anhalteposition A und B, in dem Entladsabschnitt 8 angehalten warden EcOnnen^^'ungeachtet der 
Tatsache, daB die herkominlichen Testtabletts in unvdrSnderter Welse zum Einsatz kommen. 
Dem9emi& eriaubt es das Vorhandensein von doppelt so vielen getesteten ICs in dem Entladeab- 
schnitt 8, im Vergteich zu dem Stand der Technitc, da& die Transport- und Handhabungsetnrich- 
tung einschliefiltch der fur die Richtungen X und Y vorgesehenen Transportainrichtung 81 
getestete ICs noch effizienter transportieren kann, wodurch der zahlenmdIUge Durchsatz von 
getesteten ICs erhdht wird. Da femer zwei Testtabletts in dem Beschickungsabschnin 7 wartend 
vorhanden sind, ist es der Transport- und Handhabungseinrichtung einschlieatich der fur die 
Richtungen X und Y vorgesehenen Transportainrichtung 71 mdglich, zu testende ICs von den 
Universaltabletts auf die Testtabletts In effizienter Weise zu Obertragen, wodurch der zahlen- 
mafiige Durchsatz von zu testenden ICs verbessert warden kann. Auf dtese Weise wird mit dieser 
Ausgestaltung auch der Vorteil bereitgestellt, da8 die Testzeit des tC-Testers insgesamt verrin- 
gert wird und die Testkosten je IC stark beschnitten werden. 

Bei dem vorstehend beschriebenen Aufbau gema& dem zwelten AusfQhmngsbeisptel mu(l femer 
die Gesamtgrd&e des IC-Testers lediglich in der Tiefenrichtung urn nur ungefahr eine LSnge der 
kleineren Xante des Testtabletts vergrd&ert werden, damtt zwei Transportpfade fur die 
Testtabletts bereitgestelK werden konnen, die sich von der Anpassungskammer 41 durch den 
Testabschnin 42 hindurch bis zu der Auslafikammer 5 erstrecken. Demzufotge werden die 
Vorteile erzielt, da& die Tiefenerstreckung des gesamten IC-Testers deutJich kleiner gemacht 
werden kann und daS das Gerit mit geringeren Kosten hergestellt werden kann (und zwar im 
Vergleich mit einem Aufbau., der resultieren wurde, wenn bei dem in Fig. 1 1 gezeigten IC-Tester 
gemaQ dem Stand der Technik derjenige Abschnittr der den Entladeabschnitt 8 und den Be- 
schickungsabschnitt 7 umfa&t, jeweils zweimal vorgesehen wurde, um hierdurch zwei Transport- 
pfade fOr die Testtabletts zu schaffen, die sich von dem Entladeabschnitt 8 bis zu dem Be- 
schickungsabschnitt 7 erstrecken wOrdenK 

Wie vorstehend erldutert, wird es durch das Vorsehen von zwei Transportpfaden fOr die 
Testtabletts in demjenigen Abschnitts das Pfads, der von der Anpassungskammer 41 durch den 
Testabschnitt 42 hindurch bis zu der Auslafikammer 5 bei dem ersten AusfOhmngsbeispiel 
verlSuft, und fur denjenigen Abschnitt des Pfads, der von dem Entladeabschnitt 8 bis zu dem 
Beschickungsabschntn 7 bei dem zweiten AusfOhmngsbeispiel verifiuft, jeweils mdglich, den 
zahlenmSfiigen Durchsatz von ICs bei gleichzeitigen IVIessungen bei dem ersten AusfOhningsbei- 
spiel zu erhdhen, bzw. bei dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel die Anzahl von je Zeiteinheit in dem 
Entladeabschnitt 8 und in dem Beschickungsabschnitt 7 gehandhabten ICs zu vergrdfiern, und 
zwar in beiden Fallen auch dann, wenn die herkdmmlichen Testtabletts zum Einsatz kommen. Es 
ist allerdings anzumerken, da& die Bereitstellung von zwei Transportpfaden fur die Testtabletts 
jeweils eIne unabhdngige Antriebsetnrtchtung fOr jeden der Transportpfade erfordert. 

In Rg. 4 ist ein drittes AusfOhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dargestellt, bei dem die 
Tiefe (in Richtung der Achsa Y gemessene Ldnge) der Konstanttemperaturkammer 4 und der 
Ausla&kammer 5 im Vergleich mit der Tiefe bei dem IC-Tester gemSB dam Stand der Technik um 
einen Betrag vergrd&ert Ist. der ungefShr einer Querbreite (der Unge der kleineren Kama) des 
rechteckfdrmigen Testtabletts entspricht, und bei dem ein einzelner verbretterter Transportpfad 
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fQr die Testtabletts in demjenigen Abschnitt des Pfads vorgesehen ist, der sich von und durch die 
Anpassungskammer 41 und den Testabschnitt 42 in der Konetanttemperaturkammer 4 bis zu 
und durch die Ausla&kammer 5 eretreclct, so da& zwei Testtabletts, die in gegenseitigem Eingriff 
stehen, d.h. sich in etnem Zustand befinden, bei dem sia integral bzw. fest miteinander verbun- 
den sind, entlang der beiden Transportpfade transportiert warden konnen. Hierdurch wird die 
Notwendigkeit beseitigt, zwei unabhdngige Antriebseinrichtungen fur den Testtablett-Transport- 
pfad bereitzustelten. 

Auch bei diesem dritten Ausfuhrungsbeispiel ist die Breite (d.h. die in Richtung der Achse Y 
gemessene Ldnge) des verbrelterten Transportpfads ungefdhr gleich gro& wie die Summe aus den 
Querbreiten von zwei Testtabletts, so da& der verbreitene Pfad folgllch die Tiefe (d.h. die in 
Richtung der Achse Y gemessene Unge) des IC-Testers lediglich In einem Ausmafi vergrd&ert 
das ungefdhr der L3nge der kleineren Kante des Tabletts 3 entspricht. Hierbei ist anzumerken, 
daZ in Rg. 4 diejenigen Teite und Elemente, die den in Fig. 1 1 gezelgten Teilen und Elementen 
entsprechen, mit den gleichen Bezugszeichen versehen sind und, soweit nicht erforderlich, nicht 
nochnrtais im einzelnen beschrieben werden. 

Wie auch bei dem In Hg. 1 gezeigten IC-Tester ist der in Fig. 4 dargesteilte iC-Tester so 
au^ebaut, daft die Konstanttemperaturkammer 4 einschlieftlich der Anpassungskammer 41 und 
des Testabschnltts 42 und die AuslaBkammer 5 in der von finks nach rechts welsenden Richtung, 
gemaB der Darstellung in der Zeichnung (diese Richtung wird hier als die Richtung der Achse X 
bezetchnetl In dem rOckwartigen Abschnitt des lC*Testers angeordnet sind, wohlngegen vor der 
Konstanttemperaturkammer 4 und der Auslaftkammer 5 der Beschickungsabschnitt 7 und der 
Entladeabschnitt 8 angeordnet sind. Oer Beschickungsabschnitt 7 ist dazu ausgelegt, die zu 
testenden ICs auf Testtabletts 3 zu Qbertragen und auf diese umzusetzen, die hohen und/oder 
niedrigen Temperaturen widerstehen kdnnen. Demgegenuber Ist der Entladeabschnitt 8 dazu 
ausgelegt, getestete ICs, die auf dem Testtablett 3 durch die Auslaftkammer 5 heraustranspor- 
tiert worden sind, nachdem sie in dem Testabschnitt 42 der Konstanttemperaturkammer 4 einem 
Testvorgang unterzogen worden sind, von dem Testtablett 3 auf das Unl versa Itablett 3 zu 
transportieren und auf letzteres umzuladen. Femer ist im vorderen Bereich bzw. vor dem IC* 
Tester ein Lagerabschnitt 1 1 angeordnet, der zum Legem von Unh^ersaltabletts 1 , die mit noch 
zu testenden ICs bestOckt sind, und von Unlversaltabletts 1 dient, die mit berelts getesteten und 
sortierten ICs beladen sind. 

Genauer gesagt, sind die Anpassungskammer 41, der Testabschnitt 42 und die AuslaBkammer 5 
in der angegebenen Reihenfolge von links nach rechts in Richtung der Achse X gemaB der 
Darstellung in der Zeichnung angeordnet. und es sind der Beschickungsabschnitt 7 und der 
Entladeabschnitt 8 Jewells vor der Anpassungskammer 41 der Konstanttemperaturkammer 4 
bzw. vor der Auslatikammer 5 angeordnet. Demgemdft wird das Testtablett 3 wie bei dem 
herkdmmlichen IC-Tester in die Konstanttemperaturkammer 4 in derjentgen Richtung (Richtung 
der Achse Y) eingefQhrt, die rechtwinklig zu der Richtung (Richtung der Achse X) verlduft, mit 
der es von dem Entladeabschnin 8 zu dem Beschickungsabschnitt 7 transportiert worden Ist. 
Von der Konstanttemperaturkammer 4 wird das Testtablett 3 emeut In einer Richtung heraus* 
transportiert, die rechtwinklig zu derjenigen Richtung verlduft, mit der das Tesnablen von dem 
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Beschfckungsabschnitt 7 her eingefuhit worden ist. In gleichartiger Weise wird das Tesnablett 3 
von der Ausla&kammer 5 nach au&en in einer Richtung ausgegeben, die rechtwinklig zu derjeni* 
gen Richtung veriauft mit der es von der Konstanttemperaturkammer 4 her eingefuhrt worden 
ist. Von dem Enttadeabschnitt 8 wird das Testtablett 3 emeut in einer Richtung abtransportiert, 
s die rechtwinklig zu derjenlgen Richtung verliuft, mit der es von der AusiaBkanruner 5 her 
eingef Qhrt worden ist. 

Das Testtablett 3 kann die gleiche Grofie und den gleichen Aufbau wie das Testtablett haben, 
das bei dem herkdmmlichen IC-Tester eingesetzt wird, der unter Bezugnahme auf Rg. 1 1 bereits 

10 beschrieben worden ist. Dies bedeutet, dafi das Testtablett 3 einen Aufbau besitzt, wie er in Fig. 
1 2 gezeigt ist. Das Testtablett 3 wird in umlaufender Weise von dem Beschickungsabschnitt 7 
sequentiell durch die Anpassungskammer 41 und den Testabschnitt 42 in der Konstanttempera- 
turkammer 4, die Auslafikammer 5 und den Entladeabschnitt 8 transportiert und dann zu dem 
Beschickungsabschnitt 7 zuruckgeleitet. In diesem umiaufenden Bewegungspfad ist eine 

IS vorbestimmte Anzahl von Testtabietts 3 vorhanden, die aufeinanderfolgend in denjenigen 
Richtungen, die in Fig. 1 mit dicken schraffierten Pfeilen angegeben 8ind« durch eine Testtablett- 
Transporteinrichtung bewegt werden. 

Bei diesem dritten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist die Tiefe (d.h. die in Richtung der Achse 
20 Y gemessene Abmessung) der Konstanttemperaturkammer 4 und der Ausla&kammer 5 im 
Vergleich mit dem herkdmmlichen IC-Tester in einem Ausma& vergrdBert, das ungefdhr einer 
Querbreite des rechteckfomiigen Testtabietts 3 (d.h. der Lange von dessen kurzerer Kante 
entspricht), und es ist die Breite des fur die Testtabietts vorgesehenen Transportpfads, der sich 
von der Anpassungskammer 41 in der Konstanttemperaturkammer 4 durch den ebenfalls in der 
23 Konstanttemperaturkammer 4 befindlichen Testabschnitt 42 hindurch bis zu der AuslaBkammer 5 
erstreckt, ungefdhr gleich groB ausgelegt wie die Summe aus den Querbreiten von zwei 
Testtabietts, so daft zwei Testtabietts mit ihren sich gegenubertiegenden lingeren Rdndem, die 
jeweils gemSB der Darstellung in gegenseitigem EIngriff stehen, gletchzeitig transportiert werden 
kannen. 

30 

Die Arbettsweise des in der gerade vorstehend eriduterten Weise aufgebauten IC-Testers wird im 
folgenden beschrieben. 

Ein Testtablett 3, auf das in dem Beschickungsabschnitt 7 im Test befindJIche ICs von einem 
3s Universaltablett 1 her aufgebracht worden sind, wird von dem Beschickungsabschnitt 7 unter 
derartiger Ausrichtung, da& eine seiner ISngeren Kanten vorne liegt zu der Konstanttemperatur- 
kammer 4 geleitet und in die Anpassungskammer 41 durch einen Einlafi eingefuhrt, der in der 
Vorderseite der Konstanttemperaturkammer 4 ausgebitdet ist. Die Anpassungskammer 41 ist mit 
einer in ihr befindlichen Venikaltransporteinrichtung ausgestattet, die dazu ausgelegt 1st, eine 
40 Mehrzahl von Testtabietts 3 (beispielswelse funf Testtabietts) in aufeinander gestapelter Weise 
mit vorbestimmten AbstSnden zwischen den Tesnabietts zu halten. 

Bei diesem AusfOhrungsbeispiel weist jede Stufe der Venikaltransporteinrichtung, die zum Halten 
von Testtabietts auf ihr dient eine Tiefe auf, die ungefflhr gleich gro& ist wie die Summe der 
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Querbreiten von zwel Testtabletts. Das erste Testtablett 3, das von dam Beschickungsabschnitt 
7 her aufgenommen v^rd, wind auf der obersten Stufe der Vertikaltransporteinnchtung in der 
hinteren Hdlfte (d.h. dem oberen halben Abschnitt gemd& der Betrachtung in RIchtung der Achse 
Y) dieser Stufe angeordnet und dort gehatten. Die Vertikaltransporteinrichtung befindet sich im 
Stillstand. bis zwei Testtabletts auf die oberste Stufe transporden worden sind. Sobald das 
zweite Testtablett 3 von dem Beschickungsabschnitt 7 auf die oberste Stufe der Vertikaltrans- 
porteinrichtung transportiert worden ist und in der vorderen Hdlfte (d.h. der unteren HStfte 
gemaa der Betrachtung der Achse Y) der Stufe so aufgenommen worden ist dad es sich in 
Aniage an und Eingriff mit dem ersten Testtablett befindet, wird die Vertikaltransporteinrichtung 
so betdtigt, daft die Testtabletts auf den nachfolgenden Stufen nach unten um eine Stufe in der 
vertikalen Richtung (d.h. in Richtung der Achse Z\ bewegt werden. Altemativ kann die Ausge- 
staitung auch derart getroffen sein, da& dann, wenn das erste Tesnablen in der hinteren l-l§lfte 
auf der obersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung angeordnet worden ist, die vertikal nach 
unten gerichtete Bewegung der Vertikah:ransporteinrichtung angehalten wird. bis eine vorbe- 
stimmte Zeitspanne verstrichen ist. 

Die Vertikaltransporteinrichtung ist so ausgelegt daB sie zwei Testtabletts derart halten kann, 
da& sich deren gegenuberliegende langere Bander in gegenseitigem Eingriff in dieser Stufe 
befinden, d.h. daii zwei Testtabletts in einem integral bzw. fest mitelnander verbundenen 
Zustand gehalten werden. Welterhin ist die Vertikaltransporteinrichtung so betStigbar, daB die 
beiden integral mrteinander verbundenen Testtabletts auf jeder Stufe sukzessive nach unten bis 
zu der nSchst tieferen Stufe bewegt werden. 

WShrend zwei auf der obersten Stufe befindliche Testtabletts nach unten durch die nachfolgen- 
den Stufen bis zu der untersten Stufe bewegt werden, und wahrend einer Wartezeitdauer, bis der 
Testabschnitt 42 geleert wonjen ist (d.h. fOr einen ndchsten Testvorgang zur VerfQgung steht), 
wird auf die zu testenden ICs, die sich auf den beiden integral mitelnander verbundenen 
Testtabletts befinden, eine Temperaturbelastung ausgeObt, die entweder durch eine vorbe- 
stimmte hohe oder durch eine vorbestlmmta tiefe Temperatur hervorgerufen wird. Sobald die 
beiden Testtabletts nach unten bis in die unterste Stufe transportiert worden sind, werden sie 
unter Beibehaltung ihres Integral mitelnander verbundenen Zustands gleichzeitig entlang der 
jeweiligen Transportpfade nach auBen durch den AuslaB der Anpassungskammer 41 hindurch in 
den Testabschnitt 42 transportiert, der sich auf der linken Seite, gesehen in Richtung der Achse 
X, anschiioBt und mit dem unteren Abschnitt der Anpassungskammer 41 in Verbindung steht. Es 
ist folglich ertcennbar, daB die beiden Testtablens aus der Anpassungskammer 41 in einer 
Richtung heraustransportiart werden, die rechtwinklig zu der Richtung verlSuft, mit der sie 
eingef uhrt worden sind. 

Der Testabschnitt 42 ist mit einem einzelnen Testkopf (nicht gezeigt) ausgestattet der an der 
entsprechenden Position unterhalb des Transportpfads fOr die beiden fest miteinander verbunde- 
nen Testtabletts angeordnet ist. Auf der Oberseite dieses Testkopfs (Anpassungsplatine) sind 
nicht gezeigte Bauelementsockal an vorbestimmten Positionen angebracht, die unterhalb der 
entsprechenden Testtabletts llegen. Die beiden fest miteinander verbundenen Testtabletts, die im 
wesentlichen gleichzeitig aus der Anpassungskammer 41 heraustransportiert worden sind. 
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warden zu einem Bereich oberhalb dieser Bauelementsockel transportiert, und es wird dann eine 
vorbestimmte Anzahl von im Test befindlichen ICs aus den auf den Testtabletts aufgebrachten 
ICs in elektrischen Kontakt mit den entsprechenden Bauelementsockein gebracht, die an dem 
Testkopf angebracht sind. Hierbei bleiben die tCs auf den Testtabletts angeordnet. 

Nach dem Abschlu& des Testvorgangs bezuglich aller ICs auf den beiden fest mheinander 
verfoundenen Testtabletts seitens des Testkopfs werden diese beiden Testtabletts unter Auf- 
rechterhaltung ihres fest miteinander verbundenen Zustands nach rechts In Richtung der Achse X 
aus dem Testabschnitt 42 heraus zu der AuslaSkammer 5 transportiert, in der die Wamie oder 
Kalte von den getesteten ICs abgelQhrt wIrd. 

Es ist hierbei anzumerken, da& zwei Testkdpfe, von denen jeweils einer jeweiis einem der beiden 
fest miteinander verbundenen Testtabletts zugeordnet \sx, an vorbestimmten Positionen vorgese* 
hen sein konnen, die unterhalb des Testtablett-Transportpfads liegen. Diese beiden Kdpfe kdnnen 
mit an ihnen angebrachten Bauelementsockein versehen sein, die dazu ausgelegt sind, Kontakt 
mit den ICs auf den beiden Testtabletts herzustellen, die den beiden Testkopfen entsprechen. 

Ahnlich wie die Anpassungskammer 41 ist auch die Auslalikammer 5 mit einer Vertikaltransport- 
einrtchtung ausgestattet, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Tesnabletts 3 (beispielsweise 
5 Testtabletts) in aufeinander gestapelter Weise mit vorbestimmten AbstSnden zwischen den 
Testtabletts zu halten. 

Bei diesem AusfOhrungsbeispiel weist jede zum Halten von Testtabletts auf ihr ausgeiegte Stufe 
der in der AuslaBkammer 5 vorhandenen Venikaltransporteinrichtung einen BnlaB auf, dessen 
Grd&e so bemessen ist, da(i er ungefdhr gleich gro& ist wie die Summe der Querbreiten von zwei 
Testtabletts und ungefihr gleich groB ist wie eine Lange des Idngeren Rands eines Testtabletts 
(dies entspricht der Abmessung des Einlasses der Ausiafikammer 5 in der in Richtung der Achse 
Y gemessenen Richtung) sowie eine Tiefe, die ungefShr gleich groB Ist wie eine Lange des 
langeren Rands des Tesnabletts (dies entspricht der Abmessung des Auslasses der AusiaBkam> 
mer 5 in der in Richtung der Achse X gemessenen Richtung). Zwei Testtabletts, die in fest 
miteinander verbundenem Zustand entiang des Transportpfads von dem Testabschnitt 42 her 
eingefuhrt worden sind, werden auf der untersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung 
angeordnet und dort gehalten. 

Sobald zwel Testtabletts in fest miteinander verbundenem Zustand von dem Testabschnitt 42 auf 
die unterste Stufe der Vertikaltransporteinrichtung transporciert worden sind, wird die Vertikal- 
transporteinrichtung so betStigt, daB die Testtabletts auf den nachfolgenden Stufen um eine 
Stufe nach oben in der verdkalen Richtung bewegt werden. Wdhrend zwei fest miteinander 
verbundene, auf der untersten Stufe befindtiche Testtabletts nach oben bis zu der obersten Stufe 
aufgrund der nach oben gerichteten Bewegung der aufeinander folgenden Stufen durch die 
Betatigung der Vertikaltransporteinrichtung bewegt werden, wini die Wdrme oder Kdlte von den 
getesteten ICs abgefOhrt, so daB die ICs wieder auf die auBenseitige Temperatur (Raumtempera- 
tur) zuruckgebracht werden. 
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Da, wfe berefts vorstehend festgestefh* der IC-Test bezQglich ICs durchgefOhrt wtrd, die einer 
beliebtgen gewQnschten Temperaturbdiastung unteriiegen, die in emem breiten Temperaturbe- 
reich von beispieisweise -SS^'C bis -t-125°C iiegen kann und die auf die ICs in der Anpassungs- 
kammer 41 ausgeubt worden ist* werden die ICs in der Auslal^ammer 5 mit zwangsweise 

s umgewalzter Luft bis auf die Raumtemperatur herabgekuhit, falls die ICs auf sine hohe Tempera- 
tur von beispieisweise ungefShr 120°C in der Anpassungskammer 41 gebracht worden waren. 
Falls demgegenuber die ICs eine niedrige Temperatur von beispieisweise ungefahr -30 '^C hatten, 
auf die sie in der Anpassungskammer 41 gebracht wurden, werden sie In der AuslaSkammer 5 
mit erwarmter Luft Oder mtttels eines Heizers bis auf eine Temperatur aufgeheizt, bei der keine 

to Kondensatlon auftritt. 

Nach der Abfuhr der Wamie oder der Kalte wird das Testtablett, das in der vorderen Hdlfte auf 
der obersten Stufe der Vertikaltransportelnrichtung angeordnet ist, aus der AuslaBkammer 5 zu 
der Position A an dem Enttadeabschnitt 8 durch den Auslaft der Auslaf^kammer transportiert, der 
IS sich In einer Richtung (und der Vorderseite der Auslafikammer 5 zugewandtl erstmckt die 
rechtwinkiig zu der Richtung des Enlasses verlluft, Ober den es von dem Testabschnitt 42 her in 
die Auslafikammer 5 eingefuhrc worden ist. 

Am ndchsten bei der ersten Position A sind Universaltabletts 1a und lb angeordnet. Wenn * 
20 angenommen wIrd, da& die ICIassifikationskategorien 1 bzw. 2 diesen Universaltabletts la bzw. 
1 b zugeordnet sind« werden wdhrend des Anhaltens des Testtabletts 3 an der ersten Position A 
lediglich dtejenlgen getesteten ICs, die zu den Kategorien 1 und 2 gehdren, von dem an der 
ersten Position A gehaltenen Testtablett 3 abgegrtffen und auf die zugeordneten Universaltabletts 
la bzw. lb Qbertragen. Sobald dasTesttablen 3, das sich in der ersten Position A In Ruhelage 
25 befindet, von ICs geleert worden istr die zu den Kategorien 1 und 2 gehdren, wird das Testtablett 
zu der zwetten Position B bewegt. 

Am nSchsten zu der zweiten Position B sind Universaltabletts 1c und Id angeordnet. Wenn 
angenommen wind, daK die XIassifikationskategorien 3 und 4 diesen Universaltabletts 1c bzw. Id 
» zugeordnet sind, werden die getesteten ICs, die zu diesen Kategorien 3 und 4 gehdren« von dem 
an der zweiten Position B angehaltenen Testtablen 3 abgegrlffen und auf die zugehdrlgen 
Untversattabletts 1c bzw. 1 d transportiert. 

Nachfolgend wlrd das andere Testtablett 3, das in der hinteren IHSIfte der obersten Stufe der 
33 Vertikaltransporteinrichtung angeordnet ist, aus der AuslaBkammer 5 durch deren Auslafi 
hindurch zu der Position A an dem Entladeabschnitt 8 tran^ortlert und an dieser Position 
angehalten. Der Transport des ersten Testtabletts zu dem Entladeabschnitt 8 findet entweder 
gleichzeitig mit oder nach dem Transport des vorhergehenden Testtabletts von der Position A zu 
der Position B des Entladeabschnitts 8 statt. 

40 

Auch bei diesem AusfQhrungsbeispiel Ist anzumerken, da& die Anzahl von Universaltablens 1 , die 
an den fOr die Unhfersaltabletts vorgesehenen Sollpositionen 12 in dem Entladeabschnitt 8 
vorgesehen werden kdnnen, aufgrund des zur VerfQgung stehenden Raums auf vier beschrSnkt 
ist. Fblglich ist die Anzahl von Kategorien. In die die ICs wfthrend eines Echtzeitbetriebs bzw. 
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ohne Zwischenlagerung sortiert werden k0nnen. auf die vier Kategorien 1 bis 4 begranzt, wie 
dies vorstehend angegeben ist. Auch wenn vier Kategorien I'm allgemeinen ausreichend sind, um 
zusatzJich zu der einen Kategorie, die "nicht auslegungskonformen Bautetlen" zugeordnet ist, drei 
weitere Kategorien zum Feinktassifizieren von "auslegungskonformen Bauteilen" in Elemente mit 

3 hoher, mittlerer und niedriger Ansprechgaschwindigkeit abzudeckenr kdnnen in manchen Fillen 
unter den getesteten ICs solche iCs vorhanden sain, die nicht zu irgendeiner dieser Kategorien 
gehoren. Sollten irgendwelche derarcigen getesteten ICs gefunden werden, die in eine andere 
Kategorie als die vier Kategorien einsortiert werden soilten, sollte ein Untversaltablett 1 , das der 
zusdtzlichen Kategorie zugeordnet ist, von dem f Or ieere Tabletts vorgesehenen Lagergestell 1 E 

10 (in dem rechten unteren Eckbereich in Rg. 1) des IC-Lagerabschnrtts 11 herausgenommen und in 
den Entfadeabschnitt 8 transportiert werden, um hierdurch die ICs der zusdtzlichen Kategorie zu 
lagern. Wenn dies durchgefuhrt werden mu^, ist es femer notwendig, irgendeines der Universal- 
tabletts, die in dem Entladeabschnitt 8 angeordnet sind, zu dem IC-LagerabschnItt 11 zur 
Aufnahme in diesem zu transportleren. 

19 

Falls der Auatausch der Universaltabletts wShrend des Ablaufs des Sortiervorgangs bewirkt wird, 
muS dieser Sortiervorgang wihrend des Austauschs unterbrochen werden. Aus diesem Grund Ist 
auch bei dem voriiegenden Ausfuhrungsbeispiel ein Pufferabschnitt 6 zwischen den Anhatteposi- 
tionen A und B fOr das Testtablen 3 und den Positionen der Universaltabletts 1 a bis 1 d vorhan- 
20 den, der zum zeitweiligen Halten deijenigen getesteten ICs dient, die zu einer selten auftretenden 
Kategorie gehdren. 

Der Pufferabschnitt 6 kann eine Kapazitdt zum Aufnehmen von beispielsweise ungefihr 20 bis 
30 ICs haben und kann mit einem Speicherabschnitt zum Speichem der Kategorie und der 
Positionen der ICs ausgestattet sein, die in den einzelnen IC-Taschen des Pufferabschnitts 6 
angeordnet sind. Bei dieser Ausgestaltung wird zwischen der AusfOhrung der Sortiervorgange 
Oder nach vollstandiger Fullung des Pufferabschnitts 6 mit ICs ein Universaltablett fur diejenige 
Kategorie, zu der die In dem Pufferabschnitt gehaltenen ICs gehdren, von dem IC-Lagerabschnitt 
11 zu der fQr die Universaltabletts vorgesehenen Sollposition 12 an dem Entladeabschnitt 8 
transportiert, so dali die ICs in diesem Universaltablett gelagert werden kdnnen. Es ist hierbei 
anzumerken, da8 ICs, die zeitwellig in dem Pufferabschnitt 6 gehaiten werden, auf eine Mehrzahl 
von Kategorien verstreut sein kdnnen. In diesem Fall ist es erforderiich, so viele Universaltabletts 
wie die Anzahl von gleichzeidg vorhandenen Kategorien von dem IC-Lagerabschnitt 1 1 zu dem 
Entladeabschnitt 8 zu transportleren. 

Das Testtablett 3, das in dem Emiadeabschnitt 8 geleert worden ist, wIrd zurOck zu dem 
Beschickungsabschnitt 7 transportiert, bei dem es emeut mit zu testenden ICs von dem Univer- 
saltablen 1 bestOckt wird, um hierdurch dteseiben Artieitsschritte zu wiederholen. 

tt Die IC-Transporteinrichtung 71, die zum Transportleren von ICs von dem Universaltablett 1 zu 
dem Testtablett 3 dient und in dem Beschickungsabschnitt 7 vorhanden ist, kann den gleichen 
Aufbau wie die IC^Transporteinrichtung aufweisen, die bei dem bereits beschriebenen herkdmmii- 
Chen IC-Tester benutzt wird, und kann ein Pdar sich gegenuberiiegender paralleler Schienen 71 A 
und 7 IB, die oberhalb des Beschlckungsabschnitts 7 an dessen sich in Richtung der Achsa X 
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gegenQberfiegenden Enden angebracht sind und in Richtung dar Achsa Y ver1aufan» ainan 
beweglichen Arm 71 dar an den entgegengesetzten Enden an den batdan Schienan 71 A und 
71 B, diasa ubarspannend, zur Bawagung in Richtung dar Achsa Y angebracht ist, und ainan nicht 
gazeigtan bewaglichan Kopf (Aufnehmer* und Positionianmgskopf) umfassan, dar an dam 
5 bewaglichan Arm 71C so angebracht ist, daS ar antfang dassen in Lingsrichtung des Arms, d.h. 
in Richtung dar Achsa X, bdwaglich Ist. 

Dar baweglicha Kopf waist eina IC-AufnehmarflScha bzw. ain IC-Aufnahmerkissen (IC-Graifele- 
mant) auf, das an seinar Bodanfiache in vertikaler Richtung bewagltch angebracht ist. Dia 
10 Bawegung des beweglichen Kopfs in den X- und Y-Achsenrichtungen und die nach unten 
gerichtata Bawagung das Aufnehmartcissens bringan das Aufnehmartcissen in Aniaga an dan ICs, 
dia auf dam Univarsaltablatt 1 angaordnat sind, das sich an dar Univarsaltablatt'Sollposition 1 2 
im Ruhazustand bafindat, um htardurch die ICs durch Unterdruckansaugung anzuziehan und zu 
ergreifen, um diesa beispielswaise von dam Universattablett 1 zu dem Testtablatt 3 zu transpor- 
ts daren. Dar baweglicha Kopf (cann mit amar Mahrzahl von baisplelsweise 8 Aufnehmerkissan 
varsahan sain, so daS zu ainam jawaiiigan Zaitpunkt acht ICs von dam Univarsaltablatt 1 zu dam 
Tasttablatt 3 transportiart werdan kdnnen. 

Dar Entladaabschnitt 8 ist auch mit ainer fur die Richtungen X und Y ausgelegtan Transportetn- 
20 richtung 81 ausgastattet, daren Aufbau identisch ist wia die fur dia Richtungen X und Y 
ausgelegte Transporteinrichtung 71, die fur den Beschickungsabschnitt 7 vorgesehen ist. Die 
Transportelnrichtung 81 ist so angebracht, da& sie dia arste Position A und die zwaita Position B 
Qbarspannt, und bawirkt einan Quartransport dar getesteten ICs von dem Tasttablatt 3, das zu 
dan Positlonen A und B in dem Entladaabschnitt 8 haraustransportian worden ist, auf das 
2s zugehdrlga Univarsaltablatt* 

Die fOr dia Richtungen X und Y vorgesahane Transporteinrichtung 81 waist ein Paar beabstanda- 
ter paralleler Schienen 81 A und 81 B, die oberhalb das Entladeabschnitts 8 an dassen stch in 
Richtung der Achse X gegenOberiiegenden Enden so angebracht sand, daB sie In Richtung der 
30 Achse Y verlaufen, einen beweglichen Arm 81 C, der an den antgagengasetzten Endan an den 
batdan Schienan 81 A und BIB, diasa uberspannand, so angebracht tst, daB er in Richtung dar 
Achse Y beweglich ist und einen nicht gezeigten beweglichen Kopf (Aufnehmer- und Positionie- 
rungskopf) auf, der an dem beweglichen Arm 81 C derart angebracht ist« daB er entlang dassen in 
LSngsrichtung des Arms, d.h* in Richtung dar Achsa X, beweglich ist. 

IS 

Auch bei dtesem dritten Ausfuhrungsbaispial ist eina Positionskorrektureinrichtung 2, die zum 
Korrigieren der Oriantierung oder Position eines ICs diant und als '*Prazisionsausrichtungseinrich- 
tung" bezaichnet Ist, zwischen derfGr die Unlvarsaltabletts vorgasehenen Soilposition 12 und dar 
Anhaltepositlon fOr das Tesnablett 3 angaordnat. Dia Funktion diasar IC-Positionskorrakturaln- 
40 richtung 2 ist beraits vorstehend eriSutaft worden, so daB hier eine weitere Beschraibung 
weggelassen wird. 

Wie bei dem gezeigten harkdmmlichen IC*Tester ist eina Tsblatt-Transponeinrichtung oberhalb 
dar fOr die noch zu testanden ICs vorgesahanan Lagargastalla und der fur baralts getestate ICs 
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vorgesehsnen LagergestQile so angeordndt, da& aa ubar dsn gaaamten Bereich dleser Lagarge- 
Stella hinweg in der Anordnungsrfchtung der Gestelle (in Rlchtung der Achsa X) bewegtich ist, 
wobei allerdings diase Tablett-Transporteinrtchtung in Fig. 4 nicfiit gezeigt isi> Vorstehend sind 
bereits varschiedene Arbeitsvorgange dleser Tablett-Transpoiteinrichtung beschrieben, die den 
Vorgang das Haltans eines Univarsaltabletts 1, das mit zu testenden ICs bestOckt tst, an der fGr 
die Universaftabletts vorgesahenen Sollposition in dam Geschickungsabschnitt 7, den Vorgang 
des Haltens von 4 learen Universaltabletts la bis Id an den jeweiligen, fur die Univarsaltabietts 
vorgesahenen Sollpositionen 12 in dem Entladaabschnitt 8, dan Vorgang des Lagems eines 
vollstandig gefullten Univarsaltabietts in der entsprechenden Tablettlagerposition, und den 
Vorgang des Transportierens, und zwar in dem Fall, daS irgendwefche getestaten ICs gefunden 
werden, die nicht zu irgendeiner der Kategorien gehdren, die den angegabenen und an den 
Sollpositionen 1 2 gehaltenen Univarsaltabietts entsprechan, eines zur Auf nahma solchar ICs ainer 
anderen Kategorie dienenden Universaltabletts zu der Sollposition in dem Entladaabschnitt 8 
umfassen. Oaher wtrd deren Beschreibung hier nicht nochmals wiederholt. 

Bei dam vorstehend beschriebenen Aufbau, bei dem Testtablatts jeweiis eines nach dem anderen 
in demjenigen Abschnitt des Testtabiett-Transportpfads transportiert warden, der von der 
Ausla&tcammer 5 durch den Entladeabschnitt 8 hindurch zu der Anpassungslcammer 41 verfauft* 
wie dies auch bei dem gezeigten IC-Tester das Standes der Technik der Fall ist, werden zwei 
Testtablatts in mfteinandar integral verbundenar Weise entlang eines varbreitertan Pfeds in 
demjenigen Abschnitt des Testtablett-Transporepfads transportiert, der von der Anpassungs- 
kammer 41 durch den Testabschnitt 42 hindurch bis zu der AuslafUcammer 5 fQhrt. Es ist somit 
ersichtlich, dafi es hierdurch mdglich ist, im Test befmdiiche ICs, die auf zwei Testtablatts 
angeordnet sind, einem gleichzeitigen Test in dem Testabschnitt 42 trotz der Tatsache zu 
unterziehen, daB die hertcOmmllcherweise benutzten Testtablatts in unverdnderter Weise benutzt 
werden. Dies fuhrt zu einer Verdopplung des zahlenmS&igen Durchsatzes von ICs bei der 
gleichzeitigen Messung. Demzufolge ist in einem Fall, bei dem eine relathf iange Zeitdauer je Test 
in dem Testabschnitt 42 erforderllch ist, die Zeitdauer, die zum Abschlufi des Tests von alien ICs 
(Testzeitdauer des tC-Testers) erforderlich ist, auf nahezu die Halfte wegen des verdoppelten 
zahlenmdBigan Durchsatzes bei der gleichzeitigen Messung verringert. l-lierdurch ergibt sich der 
Vorteil, da& die Testkosten je IC stark verringert sind. 

Zus&tzlich ist es aufgnind des Vorsehens eines einzelnen verbreiterten Transportpfads fur die 
Testtablatts in demjenigen Abschnitt, der von der Anpassungskammer 41 durch den Testab- 
schnitt 42 hindurch zu der Ausla&kammer 5 fOhrt, erforderlich, nur eine einzige unabhangige 
Antriebseinrichtung zum Transportieren der Testtabletts vorzusehen, und es wird femer iedigiich 
ein einziger Ausrustungssatz einschliaBlich Sensoren und Erfassungsschaitung zum Oberwachen 
der Position des Testtablatts, eine einzige Anhalteetnrichtung zum Posittoniaren der Testtabletts 
usw. benatigt. Dies alias trigt dazu bei, die anfanglichan Kosten zu verringem, und bringt auch 
den Vortell, daa die Grdfia des gesamten Testtablatt-Transportsystams verringert warden kann. 

Femer muft bei dem vorstehend beschrtabenen Aufbau gemaft dem dritten AusfOhningsbeispiel 
die gesamta GrdEe des IC-Testers Iedigiich in seiner Tiefe urn ungefdhr Iedigiich eine Langa der 
kurzeren Kama des Testtabletts vergrdOert werden. Demzufolge werden dia Vorteila erzielt, daa 
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die Ttefenabmessungen des gesamten IC-Testers erheblich Ueiner ausgelegt warden tcdnnan, und 
dafi das Gerit kostengunstiger hergesteltt warden tcann, und zwar im Verglelch mit einer 
Konatrutction, dia sich argeben wurde, wann bai dam in Fig. 1 1 gazeigtan IC-Taster gemd& dam 
Stand dar Tachnik zwei Vorrichtungen vorgesehan wOrden, did Jawails dia AnpassungsEcammer 
41 « dan Testabschnitt 42 und dia Ausla&kammar 6 umfassan wurden, um hiardurch dan 
zahlenmSGigen Durchsau bai dar glaichzeitigan Massung von ICs in dam Tastabschnitt 42 bis zu 
dar Ausla&kammer B zu erhohen. 

Hiarbai ist anzumarican, daB im Fall das arstan Ausfuhrungsbaispiais zwai Testtablatts nahazu 
gtelchzeitig endang zweier unabhangiger, im wasentllchen parallalar Transportpfade transpoitiart 
warden. Jade dar Testtablett-Transporteinrichtungan ist relativ sparrig, da sie mit ihrer eigenen 
Ausstattung einschliefilich Sensoren und Erfassungsschaltung zum Obarwachan dar Position des 
Testtabletts, mit einer Anhalteetnrichtung zum Positioniaran das Testtablatts usw. versehen ist 
wie dies beretts vorstehend angegeben ist. Ferner mufi nur mintmaler Raum zwischen den beiden 
Transportpfaden bereitgestellt werdan. im Unterschied hterzu warden bel dem drittan Ausfuh* 
rungsbeispial zwei Testtablatts in miteinandar fast verbundaner Welsa eingesetzt. und es ist 
dennoch nur ein Transportpfad fOr dia Testtabietts erforderlich, was es ermdglicht, die Grd&e der 
Testtablett'Transporteinrichtung zu verringem, und was ferner keinen vergeudeten Raum 
erfordere. Als Ergebnis dessen ist es bel dem dritten Ausfuhrungsbeispiel mdglich, die Tiefe 
(Abmessung in Richtung der Achse Y) der Konstanttamperaturkammer 4 und dar Ausla&Ccammer 
5 im Vergleich mit dem ersten AusfOhrungsbeispiel zu verrlngem. Es ist damit ersichtlich, daG> mit 
dem Aufbau gema& dam drinen Ausfuhrungsbeispiel die Mdglichkeit erreicht Ist die Tiefe des 
gesamten IC-Testers noch waiter zu verringem. 

Bel dem dritten Ausfuhmngsbeisptel ist die Tiefe der Konstanttemperaturkammer 4 und der 
AuslaEkammer 5 um einen Betrag vergrdf&ert« der ungeffihr einer Querbreite (d.h. der LSnge der 
kOneeren Kante) des rechteckfdrmlgen Testtabietts 3 antspricht und es ist ferner die Breite des 
Testtablett*Transportpfads, der sich von der Anpassungskammar 41 durch den Testabschnitt 42 
hindurch bis zu der Auslafikammer 5 erstreckt« ungefdhr gleich groS ausgelegt wie die Summe 
der Querbreiten von zwei Testtabietts. Oaher kdnnen zwei Testtabietts in einem integral bzw. 
fest miteinandar verbundenen Zustand gleichzeitig transportiert warden. In einem Fall jedoch, bai 
dem die je Test in dem Testabschnitt 42 bendtigte Zeit relativ kurz 1st, ist es bevorzugt daB der 
Aufbau des Testtablett-Transportpfads, der sich von dem Beschlckungsabschnitt 7 durch die 
Anpassungskammer 41 und dan Testabschnitt 42 der Konstanttemperaturkammer 4 hindurch 
und durch die AuslaBkammer 5 bis zu dem Entladeabschnitt 8 erstreckt, so beibehalten wird, wie 
dies bei dem dargestelhen herkdmmlichen IC-Tester der Fall ist wobei die Tiefe {in Richtung der 
Achse Y gemessene Abmessung) des Beschickungsabschnitts 7 und des Entladeabschnitts 8 in 
etnem AusmaB vargrdBert sind, das ungefdhr einer Querbreite (d.h. der Ldnge der kOrzeren 
Kante) des rechteckf6rmigen Testtabietts 3 antspricht, und wobei die Breite des Testtablett- 
Transportpfads, der sich von dem Entladeabschnitt 8 bis zu dem Beschickungsabschnttt 7 
erstreckt, vorzugsweise so vergroBert ist daB sle ungefdhr gleich groB Ist wie die Summe der 
Querbreiten von zwei Testtabietts. Oaher kdnnen zwei Testtabietts in einem integral miteinander 
verbundenen Zustand gleichzeitig transportiert werden. 
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Oemgefnaa liegt fm Rahmen der vorKegenden Erflndung audi ein viertes AusfQhrungsbeispiel, das 
zwar nicht dargestelit \st, das jedoch hinsichtlich des Aufbaus §hn(ich ist wie das zweite 
Ausluhrungsbeispiel der Erfindung, das unter Bezugnahme auf Rg. 2 beachrieben worden ist, 
wobei die Breite des Testtablett-Transportpfads, der sich von dem Entladeabschnitt 8 bis zu dem 
Beschickungsabschnitt 7 erstreckt so vergroftert ist, dafi sie ungefahr gleich groB ist wie die 
Summe der Querbreiten von zwei Testtabletts, so da& zwei Testtabletts in miteinander test 
verbundenem Zustand gleichzettig transportiert warden konnen, wie dies auch bei dem vorste- 
hend beschriebenen dritten AusfQhrungsbelspiel der Fall ist. 

Zusdtzltch zu den Vorteilen, die bei zweiten Ausfuhrungsbeispiei erhatten werden, wird bei der 
Konstruktion gemafi dem vierten Ausfuhrungsbeispiei ledigiich ein einziger Transportpfad fur das 
Testtablett in demjenigen Abschnitt des Transportpfads eingesetzt der sich von dem Entladeab- 
schnitt 8 zu dem Beschickungsabschnitt 7 erstreckt, so daB es mdglich ist, eine einzlge Antriebs- 
einrjchtung fur den Transport der Testtabletts zu benutzen. Folgtich ist ledigiich ein einziger 
Ausrustungssatz einschlie&ltch Sensonsn und Erfassungsschaltung zum Oberwachen der Position 
des Testtabletts, eine einzige Anhalteeinrichtung zum Positionieren des Testtabletts usw, 
erforderlich, wodurch sich die Vorteile ergeben, da& das gesamte Testtablett^Transportsystem 
dkonomisch und mit verringerten GroBen herstellbar ist. Weiterhin ergibt sich der Vorteil, da& die 
Tiefe des gesamten IC-Testers im Vergleich mit deijenigen bei dem zweiten Ausfuhrungsbeispiei 
noch welter verringert ist. 

Nachfolgend wIrd die Konstruktion von zwei Testtabletts ertdutert, die derart miteinander in 
Eingriff bringbar sind, daft sie in einem integral bzw. fast miteinander verbundenen Zustand 
transportiert werden kOnnen. 

In Fig. 5 ist eine Oraufsicht gezeigt in der ein Beispiel des Aufbaus von Testtabletts dargestelit 
ist, die integral bzw. formschlOssig miteinander verbindbar sind, wobei zwei Testtabletts 3-1 und 
3-2 dargestelit sind, die in gegenseitigem Eingriff stehen. Jedes der in Rg. 5 gezeigten 
Testtabletts ist im wesentilchen das gleiche wie das harkommliche Testtablett 3, das bereits 
unter Bezugnahme auf Fig. 12 beschrieben ist, und wetst einen rechteckfdrmigen Rahmen 30 
auf, der drei mit gleichen gegenseitigen Abstinden angeordnete parallele Leisten 31 zwischen 
den sich gegenOberiiegenden lingeren seitlichen Rahmenelementen 30a und 30b des Rahmens 
aufweist* Femer enthgit das Testtablett eine Mehrzahl von IC-Trdgem 34 (bei diesem Beispiel 
sind 64 iC>Trdger vorhanden), die zwischen jedem Paar von sich gegenOberiiegenden Leisten 31 
und zwischen jedem der seitlichen Rahmenelemente 30a und 30b und den jeweils ihnen 
gegenOberiiegenden Leisten gebildet sind. Diese Sememe sind aus dem vorstehend bereits 
beschriebenen Material hergesteilt. 

Jedes der dargestellten Testtabletts unterscheidet sich von dem herkdmmlichen Testtablett 3 
dahingehendr da& die sich gegenOberiiegenden, lingeren seitlichen Rahmenelemente 30a und 
30b des rechteckfdrmigen Rahmens 30 (diese Idngeren seitlichen Rahmenelemente werden Im 
folgenden einfach als "ISngerer Rand* oder "langere Kante' bezeichnet) jeweils mit zwei 
VorsprOngen 33A und 33B sov^'e mit zwei Ausnehmungen 32A und 32B versehen sind. Bei 
diesem Beispiel ist eine Idngere Kante 30a (der obere ISngere Rand gemSG der Darstellung in der 
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Zetchnung) des Rahmens 30 mit zwei unterschledllch gefoimten VorsprOngen 33A und 33B mit 
einem vorbestimmten Abstsnd versehen, wohingegen did andere langere CCante 30b (der untere 
grd&ere Rand gemSB der Darstellung in der Zeichnung) mit zwei unterschiedlich geformten 
Ausnehmungen 32A und 32B, die formmdftig an die VorsprQnge 33A und 33B angepaSt sind. 
5 jeweils an Positionen versehen ist, die den Vorsprungen 33A und 33B entsprechen (die Positio- 
nen sind aflgemeln im Hinblictc auf die zentrale Leiste 31 des Rahmens 30 definiert). Abgesehen 
hien/on sind die Gestaltung und der Aufbau des Testtabletts identisch mit dem Aufbau und der 
Gestaltung des in Fig. 1 2 gezeigten Testtabletts 3, so daa die Beschreibung der Obrigen Telle hler 
weggelassen wird. 

10 

Im Hinblick auf die betden Vorsprunge 33A und 33B ist einer der Vorsprunge 33B breiter als der 
andere Vorsprung 33Ar wobei der breitere Vorsprung 33B im wesentlichien in der f^ltte des 
Idngeren Rands 30a ausgebildet ist, wahrend der schmalere Vorsprung 33A linCcs hiervon, gemdH 
der Darstellung in der Zeichnung, ausgebildet ist. In gleicharttger Weise ist im HinblicCc auf die 

15 beiden Ausnehmungen 32A und 32B die eine Ausnehmung 32B breiter als die andere Ausneh- 
mung 32A, wobei die breitere Ausnehmung 32B im wesendichen In der Mitte des iingeren 
Rands 30b ausgebildet ist, wahrend die schmalere Ausnehmung 32A links hiervon, gemSQ der 
Darstellung in der Zeichnung, ausgebildet ist. Es ist damit ersichtlich, dafi die beiden Testtabletts 
50 ausgestattet stnd, da& die Vorsprunge 33A und 33B des einen Testtabletts mit den Ausneh- 

20 mungen 32A und 32B des anderen Testtabletts ledlglich dann In EIngrlff stehen (zusammenge- 
fugt sind), wenn die beiden Testtabletts mit der glelehen Orfentierung mit derselben horizontalen 
Ebene angeordnet sind. 

Zusdtztich sind die Abmessungen der Vorsprunge 33A und 33B so gewShlt, daB sie geringfugig 
V kletner sind als diejenigen der Ausnehmungen 32A und 328 (oder es sind die Abmessungen der 
Ausnehmungen 32A und 328 so gewdhlt, daB sie geringfugig groBer sind als diejenigen der 
Vorsprunge 33A und 33B), so daB eIne lose Passung bzw. etn spielbehafteter Eingrlff zwischen 
den Vorsprungen 33A und 33B und den Ausnehmungen 32A und 32B vorhanden ist. 

30 Wenn das Testtablett Temperaturen in einem breiten Temperaturbereich wie etwa von -55^C bis 
+ 125^0 wShrend des Gnsstzes ausgesetzt ist wie dies bereits vorstehend angegeben ist, 
werden die AuBenabmessungen des Tabletts in gewisser Weise aufgrund der thermischen 
Ausdehnung oder Kontraktion deformiert. Ohne ein gewisses Spiel in dem PaBeingriff zwischen 
den VorsprQngen 33A und 33B und den Ausnehmungen 32A und 32B wire das Testtablett nicht 

35 imstande, diese Deformierungen aufgrund der thermischen Expansion oder (Contratctlon zu 
verkraften, sondern wOrde mdglic^erweise aus dem verzahnten Eingriff austreten und versetzt 
werden, und wurde gegenuber nachteiltgen Bnflussen wie etwa einer Verbiegung und eIner 
Verwerf ung anfdlllg seln. Dies ist der Grund f Qr die Notwendigkeit daB ein gewisses Spiel in dem 
PaBeingriff zwischen den VorsprQngen 33A und 33B und den Ausnehmungen 32A und 32B 

40 vorhanden ist* 

Wie aus Rg. 5 leicht ertcennbar ist, ist bei dem dargestellten AusfOhrungsbeispiel bei Jeder der 
Ausnehmungen 32A und 32B deren jeweiHge rechte Seitenwand so ausgebildet, daB sie im 
wesentlichen rechtwinklig nach Innen verlduft. wohingegen die linke Seitenwand dieser Ausneh- 
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mungen Jedoch schrfig in etnem Winkel verlSuft, der grdBer ist als 90^. DemgegenOber sind bei 
jedem der Vorsprunge 33A und 33B deren jeweils linke SettenwSnde so ausgebildet da& sie im 
wessntlichen rechtwinklig nach auBen veriaufen, wobei jedoch die rechtG Seitenwand dieser 
Vorsprunge in einer abgemndeten aufieren Ecke endet. Wenn die Vorsprunge 33A und 33B des 
einen Tabletts 3-1 in die Ausnehmungen 32A und 32B des anderen Tabietts 3-2 eingepaBt slnd« 
treten als Folge hiervon gewisse Freiraume auf der linken Seite der Vorsprunge 33A und 338 auf, 
wie dies aus Fig. 5 ersichtlich ist, wohingegen bsi der rechtsseitigen Oberseite der Vorsprunge 
33A und 33B ebenfalls kleine Freiraume auftreten, auch wenn diese in Rg. 5 nicht deutlk:h 
sichtbar sind. Es ist damit verstandlich, daB ein derartiges Spiel in dem PaBeingriff zwischen den 
VorsprQngen 33A und 33B und den Ausnehmungen 32A und 32B jegfiche auf Anderungen der 
Temperaturen zuruckzufuhrende Deformationen (thermtsche Expansion oder Kontraktion) in 
geeigneter Welse aufnehmen kann. 

Rg. 6 zeigt eine Seitenanstcht, in der Fuhrungselemente einer Ausfuhrungsform einer Transport- 
einrichtung 2um Transportieren von zwei Testtabletts 3-1 und 3-2 in einem integral bzw. 
formschlussig miteinander verfoundenen Zustand veranschaulicht sind. Die sich gegenuberliegen- 
den langeren Render 30a und 30b jedes Testtabletts sind mit dOnnwandtgen Verl&ngerungen 
Oder Ranschen 30c bzw. 30d verbunden, die sich jeweils nach auSen erstrecken und mit der 
oberseitigen Flache des Rahmens 30 f luchtend verlaufen. Zwei Vorsprunge 33A und 33B sind an 
der Verlangerung 30c des Idngaren Rands 30a ausgebildet, wdhrend zwei Ausnehmungen 32A 
und 328 in der Verlangerung 30d des langeren Rands 30b ausgebildet sind. Bei dem dargestell- 
ten Beispiei bieiben ledigiich zwei Vorsprunge 33A und 33B als die dunnwandige Veridngerung 
30c des langeren Rands 30a ubrig, wohingegen die dunnwandige VertSngerung 30d des Idngeren 
Rands 30b mit Ausnahme der betden Ausnehmungen 32A und 328 verbieibt. Anders ausge- 
drOckt, bleibt die dQnnwandige Verlangerung 30d des iangeren Rands 30b in Form von drei 
separaten dunnwandigen veriangerten Abschnitten 30d vorhanden, was durch die Ausbildung 
der beiden Ausnehmungen 32A und 32B hervorgerufen ist. 

Wie In Fig. 6 gezeigt ist, sind zwei, eIn Paar bildende sich gegenQbertregende Fuhrungselemente 
G1 und G2, die einen rechteckfdmnigen Querschnitt besitzen, parallel zueinander so angeordnet, 
daB sie sich in gleitendem bzw. gleitverschieblichen Eingriff mit den beiden SeitenfiSchen der 
Idngeren Rinder 30a und 30b an den sich gegenQberliegenden Enden von zwei formschlussig 
miteinander verbundenen Testtablett53-1 und 3-2 (dem Idngeren Rand 30a des einen Testtabletts 
3-1 und dem ISngeren Rand 30b des anderen Testtabletts 3-2) und mit dan Unterseiten der 
dunnwandigen VerlSngerungen 30c und 30d jeweils endang derjenigen Abschnitte des 
Testtablett-Transportpfads befinden, der sich von dem Auslal^ der Anpassungskammer 41 bis zu 
dem EinlaB des Testabschnitts 42 und von dem Ausla& des Testtabletts 42 bis zu dem EinlaB der 
AuslaBkammer 5 bei dem dritten, in Fig. 4 dargestellten Ausfuhrungsbeisplel^ und entang 
desjenigen Abschnitts des Testtransportpfads erstrecken, der von der ersten Position A in dem 
Entladeabschnitt 8 bis zu dem Beschickungsabschnitt 7 be! dem nicht dargestellten vierten 
AusfQhmngsbeispiei erstrecken. Auch wenn dies nicht gezeigt Ist, sind StQtzelemente zusdtzllch 
vorgesehen, die zum Halten der Unterseiten der Testtabletts 3-1 und 3-2 dienen. 
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Es damrt gut erfcennbar, daft die balden FQhrungsetememe G1 und G2, die parallel zuelnander 
antlang dd$ Testtablett*Transportpfads angeordnet sind, auf dies® Weise den Transport von zwei 
Testtablens 3-1 und 3*2« wahrend diese formmaStg miteinander verbunden sind, mittels einer 
einzigen Antriebseinrichtung von dem AuslaB der Anpaasungskanvner 41 bis zu dem EnlaB des 
s Testabschnitts 42 und dann von dem Auslafi des Testabschnitts 42 zu dem EinlaB der AuslaB- 
kammer 5, oder von dem Entladeabschnrtt 8 bis zu dem Beschickungsabschnitt 7 erieichtem. 

Auch wenn dies nicht gezeigt lst« ist es weiterhin eisichtllch, daB der Eingriff (das passende In* 
Eingriff-Bringen) und das Trennen der beiden Testtabletts erteichtert sein kann, wenn die oberste, 

to zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der in der Anpassungskammer 41 enthaltenen 
Vertikaltransporteinrichtung mit zwei, ein Paar bildenden FuhrungseJementen versehen ist« die in 
gleitendem Kontakt mit den seitlichen Oberftdchen der sich gegenGbedlegenden kurzeren RSnder 
jedes Testtabletts stehen, wahrend dieses von dem Beschickungsabschnitt 7 her eingefuhrt wird, 
und wenn in gleichartiger Weise die oberste, zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der in 

15 der AuslaBkammer 5 vorgesehenen Vertikaltransporteinrichtung mit einem Paar Fuhrungselemen- 
ten versehen ist, die in gleitendem Kontakt mit den seitlichen OberflSchen der sich gegenubeiiie- 
genden kurzeren Render jedes Testtablens stehen. Es ist weiterhin anzumer&en, daB ein Paar 
Fuhrungselemente, die in gleitenden Eingriff mit den seitiichsn Oberflachen der sich gegenuber- 
liegenden kOrzeren Render jedes Testtabletts stehen, vorgesehen sein kann, wenn zwei 

20 Testtabletts in gegenseitigen Eingriff (in passenden Eingriff) an der Pdsition A in dem Entladeab- 
schnitt 8 zu bringen stnd, und ebenso, wenn zwei Testtabletts, die in formmdBIg miteinander 
verbundenem Zustand vorliegen, jeweiis voneinander in dem Beschickungsabschnitt 7 auBer 
Eingriff zu bringen sind. In einem solchen Fall ist dasjenige FQhrungselement in dem Entlladeab- 
schnitt 8, das nfiher bei der zweiten Position 8 liegt so angeordnet, daB es derart beweglich ist, 

u daB es aus der Bewegungsbahn gebracht werden kann und damit nicht in stdrende Wechselwir- 
kung mit den beiden Testtabletts tritt, wghrend diese in formmSBig miteinander verbundenem 
Zustand zu der zweiten Position B weiter bewegt werden. In gleichartiger Weise ist dasjenige 
FQhrungselement in dem Beschickungsabschnitt 7, das nSher bet der zweiten Position B 
angeordnet ist, so ausgelegt, daB es derart beweglich ist, daB es aus der Bewegungsbahn 

90 bewegt werden kann und damit nicht in stdrende Wechselwirkung mit den beiden Testtabletts 
tritt, wahrend diese in formschlQsslg miteinander verbundenem Zustand von der zweiten Position 
B bis zu dem Beschickungsabschnitt 7 bewegt werden. 

Wenn das Testtablett mit dem in Fig. 5 gezeigten Aufbau und die vorstehand beschriebene 
33 Testtablett-Transporteinrichtung bei dem dritten Ausfuhrungsbetsplel benutzt werden, das in Rg. 
4 dargestellt ist, Ist leicht erkennbar, daB das erste Testtablen 3, das von dem Beschickungsab- 
schnitt 7 her eingefuhrt wird, in der ruckseitigen H3lfte der obersten, zum Halten von 
Testtabletts dienenden Stufe der in der Anpassungskammer 41 vorhandenen Vertikaltransporteirv 
richtung angeordnet wird und auf dieser Stufe so lange gehalten wird, bis das zweite Testtablett 
40 3 von dem Beschickungsabschnitt 7 her eingefuhrt wird und auf der obersten, zum Halten von 
Testtabletts dienenden Stufe der Vertikaltransporteinrichtung angeordnet wird, woraufhin die 
VorsprQnge 33A und 33B des zweiten Testtabletts in passenden Eingriff mit den Ausnehmungen 
32A und 32B des ersten Testtabletts gelangen, so daB die beidm Testtabletts integral bzw. 
formschlussig miteinander verbunden werden. Es tst dann weiter leicht erkennbar, daB die beiden 
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formschlOsstg miteinander verfoundenen Testtabletts von der untersten Hahestufe der Vertikat- 
transporteinrichtung entlang des einzigen Transportpfads zu dem Testabschnitt 42 transportlert 
warden, wonach sich dann nach dem AbschluE des Testens von alien im Test befindlichen ICs 
ein Transpon der Testtabletts in wetterhin formschlQsslg mttetnander verbundenem Zustand von 
i dem Testabschnitt 42 zu der Ausla&kammer 5 anschlie&t woraufhin dann die Testtabletts nach 
der Abfuhrung der WSnme oder der Kalte sukzessive eines nach dem anderen zu dem Entladeab* 
schnitt 8 transportlert warden. 

Wenn das Testtablett mrt dem in Fig. 5 gezeigten Aufbau und die vorstehend eriauterte 
to Testtablett-Transporteinrichtung bei dem vierten Ausfuhrungsbeispiel eingesetzt werden, ist es in 
gielchaaiger Weise lelcht verstdndlich* daE zwei der Te$ttablens« die aufeinanderfolgend jeweils 
eines nach dem anderen von der obersten, zum Halten von Testtabletts ausgelegten Stufe der In 
der Ausla&kammer 5 vorhandenen Vertikaltransporteinrichtung zu der ersten Position A In dem 
Entladeabschnitt 8 transportiert werden, dadurch zu einer Einheit zusammengebracht werden, 
1) da& die Vorsprunge 33A und 33B des nachfolgenden Testtabletts in die Ausnehmungen 32A und 
32B des zuerst ausgegebenen Testtabletts eingepafit warden. Nach dem AbschluB des Sortier- 
vorgangs an der ersten Position A werden dann die beiden Testtabletts weiter transportiert, 
wobei sie in dem formmdEig miteinander verbundenen Zustand bleiben, und zwar von der ersten 
Position A zu der zweiten Position B transportiert, an der der Sortiervorgang abgeschlossen wird, 
u wonach die Testtabletts dann von der zweiten Position B zu dem Beschlckungsabschnitt 7 
transportiert werden, wobei sie weiterhin in dem formmSEig miteinander verbundenen Zustand 
verbleiben. 

Es ist fOr den Fachmann offensichtlich, daft die Konfiguration und die Anzahl der Vorsprunge und 
25 Ausnehmungen, die in jedem Tesnablett ausgebildet sind, beliebig variiert werden kann und da& 
die Art und Weise, in der zwei Testtabletts, die in integral bzw. formschlOsstg miteinander 
verbundenem Zustand vorliegen, durch die beiden FQhrungselemente G1 und G2 gehalten 
wenlen, nicht auf das dargestellte AusfOhrungsbeispiel beschrankt ist. 

30 In den Rg. 7A bis 7D sind eine Draufsicht und perspektivische Anstchten gezeigt, die mehrere 
andere modifizierte Formen des Aufbaus von integral miteinander verbindbaren Testtabletts 
veranschaulichen. GemaS Rg. 7A ist ein langerer Rand 30a (der obere Idngere Rand gemdQ der 
Darstellung in der Zeichnung) des Rahmens 30 mit zwei nach auEen vorstehenden FOhrungsstif- 
ten 61 A und 618 mit einem vorbestimmten Abstand versehen, wohingegen der andere Idngere 

35 Rand 30b (der untere ISngere Rand gemiB der Darstellung in der Zeichnung) mit zwei Lfichem 
62A und 62B, die an die Fuhrungsstifte 61 A bzw. 61 B angepafit sind bzw. fOr diese ausgelegt 
sind, jeweils an Positionen versehen tst« die den Positionen der Fuhrungsstifte 61 A und 61 B 
entsprechen (Positionen, die im wesentlichen liniensymmetrisch mit Bezug zu der in Ldngsrich- 
tung verlaufenden MItteinnie des Rahmens 30 sind). 

40 

Es ist damit ieicht erkennbar, da^ der gerade beschriebene Aufbau es weiterhin ermogiicht, da& 
zwei Testtabletts 3-1 und 3-2 dadurch miteinander integral bzw. fomischlussig verbunden 
werden kdnnen, dafi einfach ein vorhergehendes Testtablett, das sich bereits im Stillstand in der 
Anpassungskammer 41 oder in dem Entladeabschnitt 8 befindet, in Anlage mit dem nachfolgen- 
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den Testtabiett gebracht wird. Femer ist anzumerken, da6 die Abmessungen der FQhrungsstifte 
61 A und 61B so bemessen sind, da& sie geringfQgtg klelner sind als die Abmessungen der Lficher 
62A und 62B (oder es sind die Abmessungen der Locher 62A und 62B so gewdhit, dafi sie 
geringfOgig grdOer sind als diejenigen der FQhrungsstifte 61 A und 618), so da8 eine lose 
Passung bzw. ein gewisses Spiel zwischen den Fuhrungsstiften 61 A und 618 und den Ldchem 
62A und 628 vortianden ist. 

In Rg. 78 Ist eine modifizierte AusfOhningsform gezeigt, bei der die sich gegenuberliegenden 
langeren Rdnder 30a und 30b jedes Testtablstts mit spezieil vorgesehenen Vemegelungseinrich* 
tungen versehen sind. Im einzelnen sind zwei Eingriffselemente 63A (eines von diesen ist in der 
Zeichnung sichtbar), die um einen Winkel von beisptelsweise 90^ schwenkbar sind, an der 
oberseltigen OberflSche des einen Idngeren Rands 30a (dem oberen langeren Rand gemSft der 
Darstellung In der Zeichnung) des Rahmens 30 mit einem vorbestimmten Abstand angebracht. In 
dem anderen lingeren Rand 30b (dem unteren langeren Rand gemSS der Darstellung in der 
Zeichnung) sind an Positionen, die Stiften 63D entsprechen, die sich von der Unterseite der 
Eingriffselemente 63A in der NShe von Ihren 3u&eren Enden nach unten erstrecken (Positionen, 
die im wesentlichen liniensymmetrisch bzw. sptegelsymmetrisch mit Bezug zu der in Ldngsrich- 
tung verlaufenden Mittellinie des Rahmens 30 liegen) zwei Locher 64A ausgebildet, die jeweils zu 
den Stiften 63D passend ausgebildet sind. 

Jedes Eingriffselement 63A ist an seinem Innenende in einer zugehorigen Ausnehmung 63F, die 
in dem einen langeren Rand 63A ausgebildet ist, schwenkbar so angebracht, daG es eine 
Schwenkbewegung Ober einen Winkelbereich von 90** ausfOhren kann (aus der horizontalen 
Position in die vertikale Lege), und es steht der Su&ere Endabschnttt des Eingriffselements 63A, 
das den Stift 63D trdgt nach auton Qber die SuBere Grenze des Idngeren Rands 30A vor. Die 
Ldcher 64A in dem anderen lingeren Rand 30b sind in jeweiligen Ausnehmungen 64F vorgese- 
hen, die in diesem langeren Rand 30b ausgebildet sind. Die Ausnehmungen 63F und 64F in den 
langeren Rdndarn 30a und 30b haben eine Tiefe, die ungefShr glelch groft Ist wie die Dicke des 
Eingriffselements 63A. 

Es ist leicht verstdndlich, daB es der gerade beschriebene Aufbau ermdgllcht, daB zwei 
Testtabtetts 3-1 und 3*2 integral bzw. formschlOssig miteinander verbunden werden kdnnen, 
wenn ein vorhergehendes Testtabiett, das sich bereits in der Anpassungskammer 41 oder in dem 
Entladeabschnitt 8 Im Stiilstand befindet, in Aniage mit dem nachfolgenden Testtabiett gebracht 
wird, wobel sich dessen Qngriffselemente 63A (die Engriffselemente des nachfolgenden 
Tabletts) in der vertikalen Orientierung befinden« wonach dann die Gngriffselemente 63A derart 
verschwenkt werden, daB ihre Stifte 63D in die entsprechenden Ldcher 64A des nachfolgenden 
Testtabletts eingefuhrt werden. Es ist bevorzugt, daB die Abmessungen der Eingriffselemente 
63A, der Ausnehmungen 63F und 64F, der Stifte 63D und der Ldcher 64A so bemessen sind, 
daB ein gewisses loses Spiel zwischen den Eingriffselementen 63A und den Ausnehmungen 63F 
und 64F sowie zwischen den Stiften 63D und den Lochem 64A vorhanden ist. 

In Rg. 7C ist eine modifizierte Ausgestaitung gezeigt, bei der ein lingerer Rand 30A (der obere 
Idngere Rand gemaB der Darstellung in der Zeichnung) des Rahmens 30 mit einer dOnnwandigen 
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VerfSngerung oder einem dunnwandigen Ransch 65 ausgestattet ist« der sich nach auSen 
erstreckt und mit der obersettigen OberfiSche des Rahmens 30 fluchtend verlduft, wobei zwei 
Durchgangsldcher 65A und 65B vorhanden sind, die sich durch die Verldngerung 65 erstrecfcen 
und einen vorbestimmten gegenseitigen Abstand besitzen. OemgegenOber ist der andere langere 
Rand 30b (der untere iingere Rand gemafi der Darstellung in der Zeichnung) des Rahmans 30 
ebenfalls mit einer dunnwandigen Veriangerung Oder einem dunnwandigen Ransch 66 ausgestat* 
tet, der sich von der bodenseitigen Riche des Rahmans 30 nach auften erstreckt und fluchtend 
mit dieser Bodenfldche verlduft, wobei zwei Vorsprunge 66A und 66B an der Veriangerung 66 an 
denjenigen Positionen ausgebitdet sind, die den Positionen der Durchgangsldcher 65A und 65B 
des einen iSngeren Rands 30a entsprechen (die Positionen sind im wesentlichen linien- bzw. 
spiegelsymmetrlsch mit Bezug zu der in Ungsrichiung vedauf enden Minellinie des Rahmans 30)^ 
so da& die VorsprOnge 66A und 66B mit diesen Durchgangsldchem in Eingriff bringbar sind. In 
diesem Pall ist die Dicke der Verfdngerungen 65A und 6SB der langeren Render 30a und 30b so 
bemessen, da& die Summe der Oicken der beiden VerlSngerungen gerade gleich gro& wie oder 
geringfugig kleiner ist als die Dicke des Testtabletts* 

Bei der In Rg. 7C gezeigten Konstruktion wird mit einem vorhergehenden Testtablett 3-1, das 
sich beretts in der Anpassungskammer 41 oder in dem Entladeabschnitt 8 im Sdllstand befindet, 
das nachfolgende Testtablett 3-2 von unten her in Aniage gebracht, so daS die Vorsprunge 66A 
und 668 des nachfolgenden Testtabletts in die Durchgangslficher 65A und 65B des vorherge- 
henden Testtabletts eingefOhrt werden, Es ist leicht verstSndlich, daB es hierdurch mdglich ist, 
zwei Testtabletts 3-1 und 3-2 gegenseitig so miteinander in Eingriff zu bringen, daB sie in einem 
integral miteinander verbundenen Zustand vorliegen. Auch in diesem Fall ist es bevorzugt, dafi 
die Abmessungen der Durchgangsldcher 66A und 65B und der VorsprOnge 66A und 66B so 
bemessen sind, daB ein gewisses Spiel zwischen den Ourchgangsiachem und den VorsprQngen 
vorhanden ist. 

In Rg. 7D ist eine weitere abgednderte AusfOhrungsfomi dargestellt, bei der ein spezieller 
Koppelrahmen 67 vorgesehen ist der zwei, ein Paar bildende Offnungen oder Abteile 68A und 
6BB aufweist, die mit einem vorbestimmten Abstand ausgebildet sind und zum Aufnehmen von 
zwei Testtabletts dient so daB diese in Eingriff gebracht sind. Die Ausgestaltung ist hierbei 
derart getroffen, daB die beiden Testtablens 3-1 und 3-2 In den Offnungen 68A und 68B des 
Koppelrahmens 67 aufgenommen werden und dann gemeinsam mit dem Koppelrahmen 67 
transportiert werden. Bei diesem Beispiel ist jede der Offnungen 68A und 68B des Koppelrah- 
mens 67 um seine Umfangswand herum mit einer stufigen Schulter ausgestattet, auf der eine 
flanschfdrmtge Verlingerung 30f des Rahmens 30 des Testtabletts in verriegetter bzw. gekoppel- 
ter Weise ruht. derart, daB ein Testtablett in jeder der Offnungen des Koppelrahmens 67 so 
aufgenommen wird, daB die Unterseiten des Koppelrahmens 67 und der Testtabletts im wesent- 
lichen miteinander fluchten. In Rg. 7E ist in Form eines Querschnitts diese Ausbildung der 
Offnungen des Koppelrahmens 67 telKveise dargestellt. Diese Konstruktion erielchtert den 
Transport von zwei Testtabletts unter exakter Beibehaltung ihrer gegenseitigen positionsmftfiigen 
Bezlehung, wodureh sichergestellt wIrd, daB die Abldufe, Testvorgflnge, Messungen usw. in den 
verschiedenen Abschnitten des IC-Testers mit hoher Prazision durchgefQhrt werden. Femer kann 
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der Transport der beiden Tesnabletts als solcher positiv bzw. zwangsweise ausgefflhrt warden, 
da did Tablatts gemeinsam mil dam Koppalrahman 67 transportiert warden. 

Bei dam vorstehend beschriebenen ersten bis viertan Ausfuhrungsbaispiel wird die vorltegande 
Erflndung bei einem IC-Tester etnas Typs aingesetzt, bei dem eine Konstanttemperaturlcammer 4, 
die eine Anpassungsicammer 41 und einen Testabschnin 42 umfaGt, und etne AuslaBicammer 5 
In der von links nach rechts weisenden Richtung gemaB der Darstellung in der Zeichnung 
(Richtung der Achse X) In dem rOclcwflrtigen Bereich des IC*Testers angeordnet sind« wohinge- 
gen vor der Konstanttemperaturlcammer 4 und der AuslaBicammer 5 ein Beschickungsabschnttt 7 
und ein Entiadeabschnitt 8 angeordnet sind. Es ist jedoch fur den Fachmann erstchtJich, daB die 
vorliegende Erftndung unter Erzielung gleicher Vorteile aucii bei einem IC-Tester einsetzbar ist, 
der einen andaren Aufbau basitzt. 

Die vorliegende Erftndung ist zum Beispiel auch bei einem IC-Tester eines Typs einsetzbar, bei 
dem eine Ausla&kammer 5 unterhalb eines Entladeabschnitts 8 angeordnet ist, um hierdurch die 
Querbreite (d.h. die in Richtung der Achse Y gemessene Abmessung) des IC-Testers zu verrln- 
gern. In Fig. 8 ist eine schematische perspektivlsche Ansicht gezeigt, die den Aufbau gemSB dem 
funften Ausf uhrungsbeispiel der vorllegenden Erflndung veranschaullcht. 

Das fOnfte AusfQhrungsbeispiel reprdsentiert eine Ausgestaltung der Konstruktion, bei der 
entweder zwei Transportpfade fur die Testtabletts in demjenigen Abschnitt des Transportpfads 
vorgesehen sind, der sich von der Anpassungskammer 61 bis zu dem Testabschnitt 62 erstreckt, 
so da& die beiden Testtabletts im wesentlichen gleichzertig entlang der jeweiligen Transportpfade 
transportiert warden kdnnen, Oder bei dem die Breite des Testtablett-Transportpfads In demjeni- 
gen Abschnitt, der sich von der Anpassungskammer 41 bis zu dem Testabschnitt 42 erstreckt, 
so verbreitert ist, dafi er ungefahr gleich groB ist wie die Summe der Querbretten von zwei 
Tesnabfetts, so daB zwei Testtabletts in einem formschlQssig miteirtander verbundenen Zustand 
gleichzeitig transportiert werden konnen. Diejenigen Telle und Elemente, die den in den Rg. 1 , 2, 
4 und 1 1 gezelgten Tellen entsprechen, sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen und 
werden nicht nochmals tm einzelnen beschrieben, so welt dies nicht erforderlich ist. 

Da bei dem dargestellten IC-Tester jede der zum Halten von Testtabletts dienenden Stufen der in 
der AuslaBkammer 5 vorgesehenen Vertikattransporteinrichtung einen Raum zum Aufnehmen 
lediglich eines Testtabletts aufweist, werden die beiden Testtabletts nach dem AbschluB des 
Testvorgangs bezOgiich alter im Test befindlicher ICs, die auf den beiden Testtabletts in dem 
Testabschnin 42 aufgebracht sind, voneinander getrennt und jeweils eines nach dem anderen 
aus dem Testabschnitt 42 heraus in derjenigen Richtung trarisportiert, die rechtwinklig zur 
Richtung verlduft, mit der sle in den Testabschnitt eingefuhrt worden sind, wonach die 
Testtabletts dann auf die unterste Stufe der in der AuslaBkammer 5 vorhandenen Vertikaltrans- 
porteinrichtung ubertragen werden. Wenn die Testtabletts 3 durch die sukzessiven Stufen In der 
in der AuslaBkammer 6 vorhandenen Vertikaltransporteinrlchtung nach oben bewegt werden und 
in der obersten Stufe ankommen, werden sia in den Bereich des Entladeabschnitts 8 eingafOhrt, 
in dem der Sortiervorgang bezQgllch der getesteten und auf dem Testtablett befindlichen ICs 
ausgefuhrt wird. 
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Weiterhin ist der dargestellte IC-Tester so ausgelegt. dafi dann, wenn zwei Testtabletts dem Test 
in dem Testabschnitt 42 unterzogen worden sind, diese Testtabletts bis zu einer vorbestimmten 
Position bewegt warden, die obertialb des Testabschnitts 42 liegt, bevor sie eines nach dem 
3 anderen auf die unterste Stufe der in der AuslaBkammer 5 vorhandenen Vertikaltransporteinrich- 
tung transportiert werden, so da& die als ndchstes nachfolgenden Testtabletts, die entweder in 
Form von zwei separaten Testtabletts oder zwei integral miteinander verbundenen Testtabletts 
vorliegen, in den Testabschnitt 42 sofort nach dem Abschluft des Testens bezuglich der beiden 
vorhergehenden Testtabletts eingefuhrt werden kdnnen. 

10 

Auch wenn bei diesem Aufbau in demjenigen Abschnitt des Transportpfada, der stch von der 
Austa&kammer 5 durch den Entladeabschnitt 8 und den Beschickungsabschnitt 7 zu der 
Anpassungskammer 41 erstreckt, Testtabletts jeweils eines nach dem anderen wie bei dem 
gezeigten IC-Tester gemifi dem Stand der Technik transportiert werden, werden entweder zwei 

IS nebeneinander llegende Oder zwei integral bzw. formmaaig miteinander verbundene Testtabletts 
in demjenigen Abschnitt des Transportpfads transportiert, der sich von der Anpassungskammer 
41 zu dem Testabschnitt 42 erstreckt. Es damit erslchtlich, dafi trotz der Tatsache, daft die 
herkdmmlicherweise benutzten Testtabletts als sotche eingesetzt werden, es mit dieser Ausge- 
staltung mdgllch ist, im Test befindliche ICs, die sich auf zwei Testtabletts bef Inden, gleichzeitig 

20 zu testen oder zu messen. Dies fuhrt zu einer Verdopplung des zahlenmiSigen Durchsatzes beim 
gleichzeitigen Messen von ICs. Als Folge hiervon ist in einem Fall, bei dem eine relativ lange 
Zeitdauer je Test in dem Testabschnitt 42 benotigt wird, die Zettdauer, die fQr den Abschlufi des 
Testvorgangs bezQglich aller ICs bendtlgt wird (Testzeit des IC-Testers), auf nahezu die Hatfte 
verrlngert, was durch die Verdopplung des zahlenmasigen Durchsaues be! der gleichzeitigen 

u Messung bedingt Ist. Hierdurch wird der Vorteil erzielt, dafi die Testkosten je IC in atarkem Mafie 
vem'ngert werden konnen. 

Bei dem vorstehend beschriebenen fOnften AusfQhrungsbeisplel ist die Tiefe der Konstanttempe* 
raturkammer 4 in einem Ausmafi vergrofiert, das ungefahr einer Querbreite (d.h. der Ldnge des 

JO kurzeren Rands) des rechteckfdrmigen Testtabletts 3 entspricht, und es sind zwei Transportpfade 
fQr die Testtabletts in demjenigen Abschnitt des Transportpfads vorgesehen, der sich von der 
Anpassungskammer 41 bis zu dem Testabschnitt 42 erstreckt, so dafi zwei Testtabletts im 
wesentiichen gleichzeitig entlang der Jeweiligen Transportpfade unabhdngig voneinander 
transportiert werden kdnnen, oder es ist aitemativ die Breite des Testtablett-Transportpfads in 

» demjenigen Abschnitt, der sich von der Anpassungskammer 41 zu dem Testabschnitt 42 
erstreckt, so verbreiten, dafi er ungefahr gleich grofi ist wie die Summe der Querforelten von zwei 
Testtabletts, so dafi zwei Testtabletts in einem Integral miteinander verbundenen Zustand 
gleichzeitig transportiert werden kdnnen. In einem Fail, bei dem die Zeitdauer, die pro Test In 
dem Testabschnitt 42 benotigt wird, relathr kurz ist, ist es jedoch bevorzugt, dafi im Hinblick auf 

40 den Aufbau des Testtablett-Transportpfads, der sich von dem Beschickungsabschnitt 7 durch die 
Anpassungskammer 41 und den Testabschnitt 42 der Konstanttemperaturkammer 4 bis zu der 
Auslafikammer 5 erstreckt, dIese Konstnjktion so beibehalten wird, wie ale bei dem dargesteltten 
ICTester gemafi dem Stand der Technik voriiegt, und dafi die Tiefe (die in Richtung der Achse Y 
gemessene Abmessung) des Beschidcungsabschnitts 7 und des Entiadeabschnitts 8 in einem 
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AusmaB verforeitert wird, das ungefdhr einer Querbreite (der Ldnge des kOrzeren Rands) des 
rechteckfdrmigen Testtabletts 3 entspricht, und dafi zwei Testtablett-Transportpfade fOr 
denjenigen Abschnitt des Transportpfads vorgesehen sind, der stch von dem Endadeabschnitt 8 
bis zu dem Beschickungsabschnitt 7 erstreckt, so dafi zwei Testtabletts Im wesentUchen 
gletchzeitig entiang der jeweiligen Transportpfade unabhdngig voneinander transportiert werden 
kdnnen. 

In den Fig. 9 und 10 sind eine schematische perspektivische Ansicht bzw. eine Seitenansicht 
gezeigt, wobei die Konstanttemperaturkammer im Quarschnitt dargestelit ist. Hierbei ist der 
Aufbau gemd8 einem sechsten AusfOhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung veranschauticht. 

Der IC-Tester gemdS diesem sechsten Ausfuhrungsbeispiel Ist derart aufgebaut, dafi eine 
Konstanttemperaturkammer 4 in ihrem Inneren mit etner Veaikaltransporteinrichtung ausgestattet 
ist, die eine Anpassungskammer 41 bildet, wobei an der Oberselte der Konstanttemperaturkam- 
mer 4 (in der Hdhenlage der obersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung) ein Testabschnitt 42 
mit einem Testkopf 9 vorhanden ist, der in der oberen Wand der Konstanttemperaturkammer 4, 
nach unten gewandt, angebracht ist. Weiterbin sind ein Beschickungsabschnitt 7 und ein 
Entladeabschnitt 8 Integriert bzw. gemeinsam zusammengefaf^t ausgebildet und mit einer 
gemeinsamen Vertikahransporteinrichtung versehen. 

Bel diesem Ausfuhrungsbeispiel weist jede zum Halten von Testtabletts auf ihr dienende Stufe 
der in der Konstanttemperaturkammer 4 befindlichen Vertikaltransporteinrichtung eine laterale 
Breite bzw. Breite, die ungefdhr gletch gro& tst wie die LSnge des Idngeren Rands eines 
Testtabletts (d.h. der Abmessung in Richtung der Achse X), und eine TIefe auf, die so bemessen 
ist. da& sie ungefdhr gleich gro& ist wie die Summe der Querbreiten von zwei Testtabletts (d.h. 
der in Richtung der Achse Y gemessenen Abmessung). Das erste Testtablett 3, das von dem 
Beschickungsabschnitt 7 her eingefuhrt wird« wird ungefahr in der vorderen HSIfte (der unteren 
Hdlfte gemd& der Betrachtung in Richtung der Achse Y) der untersten Stufe der Vertikaltrans- 
porteinrichtung angeordnet. Anschliefiend wird das erste Tablett von der vorderen HSIfte 
ungefdhr zu der rflckwdrtigen Hdlfte (der oberen Hdlfte bei Betrachtung in Richtung der Achse Y) 
der untersten Stufe in derjenigen Richtung transportiert, die rechtwinklig zu der Richtung 
verlSuft, mtt der es eingefOhrt worden ist. Nachfolgend wird das zweite Testtablett 3, das von 
dem Beschickungsabschnitt 7 her eingefuhrt wird. In der nun geleerten vorderen Hdifte (ungefdhr 
die vordere Hdlfte) der untersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung angeordnet. Wenn dies 
erfolgt ist, ist das zweite Testtablett In dem vorderen halben Abschnitt der untersten Stufe 
entweder mit einem kleinen Abstand zu dem ersten Testtablett Oder in Aniage mit diesem 
aufgenommen. 

Die Vertikaltransporteinrichtung ist so ausgestaltet, da(i sie zwei Testtabletts auf jeder Stufe 
halten kann, und ist derart betrelbbar, daa sie die beiden Testtabletts auf jeder Stufe sukzessiv 
nach oben zu der jeweils ndchst hdheren Stufe bewegt. 

Wihrend zwei, auf der untersten Stufe bafindiiche Testtabletts nach oben durch die sukzessiven 
Stufen bis zu der obersten Stufe bewegt werden. wird auf die zu testenden, auf den beiden 



ADVANTEST CORPORATION 

PCT/JP98/02979 



Testtabletts befindllchen ICs eine Temperaturbelastung ausgeGbt, cfie entweder durch eine 
vorbestimmte hohe Oder eine vorbestimmte tiefe Temperatur hervorgenifen wird. 

Eine vorbestimmte Anzahl von IC$ unter denjenigen im Test befindJichen ICs, die auf den beiden 
Testtabletts aufgebracht sind, wird mit den IC-SockeIn In elektrischen Kontakt gebracht, die an 
dem Testkopf 9 angebracht srnd, wobei die ICs hlerbei auf den Testtabletts verbleiben. Wie 
bereits vorstehend angegeben, ist der Testkopf 9 mit dem Hauptgerdt des Testers elektrisch uber 
ein Kabel 91 verbunden. 

Nach dem AbschluB des Testvorgangs wird das Testtablett, das in dem vorderen halben 
Abschnitt der obersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung angeordnet ist, zundchst von dem 
Testabschnin 42 uber den Auslafi der Konstanttemperaturkammer 4 auf die obersta Stufe der 
Vertikaltransporteinrichtung geleltet die in dem Beschickungsabschnitt 7 / dem Entladeabschnitt 
8 vorhanden ist. 

Sobald das Testtablett. das in der vorderen HSifte der obersten Stufe angeordnet ist nach au&en 
transportlert worden ist, wird das Testtablett, das in der hinteren Hdifte angeordnet ist, zu der 
nun frei gewordenen vorderen Hdlfte bewegt. 

Hierbei ist anzumerken, da& aufgrund der Tatsache, daft jede der die Testtabletts haitenden 
Stufen der Vertikaltransporteinrichtung in dem Beschickungsabschnitt 7 / dem Entladeabschnitt 8 
einen Raum zur Aufnahme lediglicli eines einzigen Testtabletts aufweist, der gezeigte IC*Tester 
nicht imstande ist, das mit den getesteten ICs bestQckte Testtablett aus der Konstanttemperatur- 
kammer 4 herauszubewegen, sondem dies erst dann erfolgt, wenn dasjenige Testtablett, das auf 
und in die oberste Stufe der Vertikaltransporteinrichtung in dem Beschickungsabschnitt 7 / dem 
Entladeabschnitt 8 eingefuhrt worden ist, durch diese Vertikaltransporteinrichtung nach unten zu 
der nachsten, folgenden Stufe bewegt worden Ist. 

Sobald das Testtablett, das auf und in die oberste Stufe der Vertikaltransporteinrichtung in dem 
Beschickungsabschnitt 7 / dem Entladeabschnitt 8 eingefuhrt worden ist, zu der nachsten, 
folgenden Stufe abgesenkt worden ist, wird das Testtablett, das in und auf den vorderen halben 
Abschnitt der obersten Stufe der Vertikaltransporteinrichtung In der Konstanttemperaturkammer 
4 bewegt worden ist, durch den Auslaft der Konstanttemperaturkammer 4 hindurch auf die 
oberste Stufe der Vertikaltransporteinrichtung in dem Beschickungsabschnitt 7 / Entladeabschnitt 
8 geleitet. 

Sobald das Testtablett durch die Vertikattransponeinrichtung in dem Beschickungsabschnin 7 / 
dem Entladeabschnitt 8 bis zu der untersten Stufe abgesenkt worden ist, wird dieses Testtablen 
emeut mit zu testenden und von einem Universaltablett 1 stammenden ICs bestuckt. Nachfol- 
gend werden die gleichen Schritte wiederholt. 

Wenn die Testtabletts, die die bereits dem Test in dem Testabschnitt 42 unterzogenen ICs 
tragen, bel diesem sechsten AusfOhrungsbeispiel durch den AuslaB der Konstanttemperaturkam- 
mer 4 hindurch nach auBen transportiert werden, wie dies vorstehend angegeben ist, werden die 
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beiden Testtabletts, die dem Testvorgang (dor Messung) gleichzeitig unterzogen worden sind» 
eines nach dem anderen bei zwei separaten Ablaufen heraustransport'rert. DemgerndG ist es 
bevorzugt, da& ein nicht gezeigter Pufferabschnitt zwischen der Konstarmemperaturkammer 4 
und dem Beschickungsabschnitt 7 / dem Entladeabschnitt 8 vorhanden ist, so daQ jeweiis zwei 
Testtabletts gleichzeitig zu einem Zeitpunkt zu dem extemen, zum zeitweiligen Halten der 
getesteten ICs in ihm dienenden Pufferabschnitt ausgegeben werden, bevor die ICs auf der 
Grundiage der Testergebnisse sortiert und me auf die entsprechenden Universaitabietts umgesetzt 
werden. HIerdurch wird die gesamte Testzeit (Me&zeit) veningert. 

Aitemativ kann jede Stufe der Vertikaltransporteinrichtung in dem Beschickungsabschnitt 7 / dem 
Entladeabschnitt 8 etnen Raum aufwetsen, der ausreichend grofi ist, um zwei Testtabletts 
aufzunehmen, so da& die Stufen der Vertikaltransporteinrichtung aufeinanderfolgend in vertikaler 
Richtung bewegt werden k6nnen, wobei jede Stufe zwei Testtabletts auf ihr trSgt. Es ist damit 
ersichtlich, da& durch diese Ausgestaltung die Testzeitdauer und/oder die Handhabungszeitdauer 
fOr getestete ICs welter veningert werden kann. 

WShrend zwei auf der untersten Stufe vorhandene Testtabletts durch die folgenden Stufen 
hindurch bis zu der obersten Stufe nach oben bewegt werden, wird auf die zu testenden und auf 
den beiden Testtabletts befindlichen ICs eine Temperaturbeanspruchung ausgeubt, die entweder 
durch eine hohe Oder durch eine tiefe Temperatur hervorgerufen wird. 

Wenn bei dem vorstehend beschriebenen ersten bis fOnften AusfQhrungsbeispiei zwei rechteck- 
fdmrijge Testtabletts nebeneinanderiiegend {in paraiielem Zustand) in demjenigen Abschnitt des 
Transportpfads. der stch von der Anpassungskammer 41 der Konstanttemperaturkammer 4 bis 
zu der AusiaBkammer 5 erstreckt, Oder in demjenigen Abschnitt des Transportpfads, der sich von 
der Anpassungskammer 41 der Konstanttemperaturkammer 4 bis zu dem Testabschnitt 42 
erstreckt, oder in demjenigen Abschnitt des Transportpfads, der von dem Entladeabschnitt 8 bis 
zu dem Beschickungsabschnitt 7 fOhrt, transportiert werden, werden die beiden rechteckfdrmi- 
gen Testtabletts gemdl^ der Darstellung mit einer seitfich langgestreckten Orientierung (d.h. 
derart, daB die kOrzeren Render f uhren bzw. vome liegen) transportiert. FOr den Fachmann ist 
jedoch ersichtllch, da& die funkttonellen Vorteile, die mit den bei den vorstehend beschriebenen 
Ausfuhrungsbeispielen erztelten Vorteilen verglelchbar sind, auch dann erhalten werden k6nnen, 
wenn eine Ausgestaltung etngesetzt wird, bei der zwei rechteckf6rmige Testtabletts in einer in 
Ldngsrichtung langgestreckten Orientierung (d.h. derart, dafi die langeren Rflnder voma liegen 
transportiert werden) und ferner in Tandemanordnung transportiert werden, wobei zwei seriell 
nachfolgen. 

In diesem Fall kann jede zum Halten von Testtabletts vorgesehene Stufe der Vertikaltransportein- 
richtung bei dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel so bBmassan sein, daB sie zwei Testtabletts in 
der in Ldngsrichtung langgestreckten Orientierung bzw. mit den ISngeren RSndem voraus 
aufnehmen kann. 

Auch bei dem ersten bis fQnften AusfQhrungsbeispiei kann jede zum Halten von Testtabletts 
dienende Stufe der Vertikaltransporteinrichtung in der Anpassungskammer 41 und in der 



ADVANTEST CORPORATION 

PCT/JP98/02979 



L^.::: u ;5e::Vp 81 i 2? 71 

62 - 919/70800 WO OE 



AuslaBkammer 5 einen Raum enthalten, der ausreichend groS \st, um zwei Testtablens in der In 
LSngsfichtung langgestreckten Orientierung aufnehmen zu kdnnen. 

Femer mussen die Testtabietts 3 in einem Fall, bei dam der IC-Test in dem Testabschnitt 42 
hinsichtlich ICs durchgefuhrt wird, die auf einem Testtablett aufgebracht sind und bei der 
normalen Temperatur Oder Raumtemperatur befinden, nicht aus einem Material hergestellt sein, 
das hohen/tiefen Temperaturen widerstehen kann. Femer besteht dann auch keine Notwendig- 
kert, dafi die Anpassungskammer 41 und die Ausia&kammer 5 sowie die Konstanttemperatur- 
kammer 4 In dem IC-Tester vorgesehen sind. Als Ergebnts dessen warden die Testtabietts 3 bei 
einem sofchen fC-Tester von dem Beschickungsabschnitt 7 zu dem Testabschnitt 42 transpor- 
tiert, wonach die Testtabietts 3 dann nach dem Abschlufi der Tests von alien auf den jeweiligen 
Testtabietts aufgebrachten ICs von dem Testabschnitt 42 zu dem Entladeabschnitt 8 transpor- 
tiert werden. IHIerbei wird die vorstehend beschriebene Erfindung dann bei demjenlgen Abschnitt 
des Testtablett-Transportpfads eingesetzt, der sich von dem Beschickungsabschnrtt 7 zu dem 
Testabschnitt .42 erstreckt, Oder bei demjenlgen Abschnitt des Testtablett-Transportpfads, der 
sich von dem Beschickungsabschnrtt 7 zu dem Entladeabschnitt 8 durch den Testabschnln 42 
hindurch erstreckt. 

Wie aus der vorstehenden Beschreibung ersichtlich ist, wird mit der vorltegenden Erfindung trotz 
der Tatsache, daS nur eine relativ beschrdnkte Vergrd&erung der Au&enabmessungen des IC- 
Testers erforderlich ist, die Mdgiichkeit geschaffen, den zahlenmdBigen Durchsatz bei der 
gleichzeitigen Messung von im Test beflndlichen ICs um einen Faktor von ungefdhr Zwei zu 
vergraaern, oder den zahlenmaQIgen Durchsatz von getesteten ICs in dem Entladeabschnitt 8 
signifikant zu vergr6Bem« und zugleich auch signifikant die Zeit zu verringem, die fur den 
Transport und die Handhabung in dem Beschickungsabschnrtt 7 erforderlich ist. Hierdurch wird 
die Zeitdauer, die bis zum AbschluB des Testens von alien ICs erforderlich ist, auf nahezu die 
Hilfte verkurzt, was zu dem Vorteil fuhrt, daB die Testkosten je IC stark verringert sind. 
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2USAMMENFASSUNG (Rq. 1) 



HALBLEITERBAUELEMENT:TEST6BtAT UND 
TESTTABLETT ZUR VERWENOUNQ IN DEM TESTGERAT 



10 Es wird ein IC-Tester bereftaestellt der imstande ist, die fOr den AbschluB des Tests bezQgtich 
aller zu testender fCs erfordeiiiche Zeitdauer zu verringern. Die Tiefe (in Richtung der Achse Y 
gemessene Abmessung) einer Konstanttemperaturkammer (4) und einer Ausla&kammer (5) ist urn 
eine Strecke erweitert, die ungefShr einer Querbreite (Linge der kleineren Kante)'eines rechteck- 
fSrmigen Testtabtetts (3) entspricht, und es sind zwei im wesentiichen parallel verlaufende 

15 Testtablett-Transportpfade, oder altemativ eIn verbretterter Testtablett*Tran$portpfad, der 
ausreichend breit ist, um zwei Testtabtetts glelchzeitig nebeneinanderliegend zu transportieren, in 
demjenigen Abschnitt des Pfads vorgesehen, der sich von einer Temperaturanpassungskammer 
(41 1 in einer Konstanttemperaturkammer (4) und durch diese hindurch sowie durch einen in der 
Konstanttemperaturkammer (4> befindlichen Testabschnitt (42) zu einer AuslaOkammer (5) 
erstreekt, derart, daft zwei Testtabietts gleichzeitig entlang der beiden Transportpfade oder des 
verbrelterten Testtablett^Transportpfads transportiert warden kdnnen. 
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1. HalMeiterbauelement-Testgerat eines Typs, bei dem auf einem Testtablett befindliche 
Halbteiterbauelemente zu einem Testabschnrtt transportlert warden, in dem die Halbieiterbaueie- 
mente unter Verbleib auf dem Testtablett getestet warden, und die Halbteiterbauelemente nach 
dem Abschluli des Tests aus dem Testabschnin heraustransportiert warden, wonach sie auf der 
Grundlage der Testergebniase sortiert warden, dadurch gekennzeiehnet, da& eine Mehrzahl von 
Testablett-Transportpfaden zum Transportieren von mit Halbleiterbauelementen bestuckten 
Testtabletts zu dem Testabschnitt vorhanden ist. 

2. Halbleiterbaueiement-TestgerSt nach Anspruch 1, bei dem zusStzllch zu den 
Testtablett-Transportpfaden, die zum Transportieren von mit Halblelterbauelementen bestuckten 
Testtabletts zu dem Testabschriitt dienen, mehrere Tesnablett-Transportpfade zum Transpor- 
tieren von mit den getesteten Halbleiterbaueiementen bestOckten Testtabletts aus dem Testab- 
schnitt nach dem AbschluB des Testvorgangs In dem Testabschnitt vorgesahan sind, 

3. IHalbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 1, das zusatzlich zu dem Testab- 
schnitt einen Beschickungsabschnitt zum Transportieren und Umladen von HaJbleiterbauelemen- 
ten zu einem und auf ein Testtablett sowie einen Endadeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren 
von getesteten, von dem Testabschnitt her zugefuhrten Halbleiterbauelementen auf der Grund- 
lage der Testergebnisse umfa&t, wobei die Mehrzahl von Testtablett*Transportpfaden in demjeni- 
gen Abschnitt des Tasttablett-Transportpfads angaordnet ist, der atch von dem Beschickungsab- 
schnitt zu dem Testabschnitt eratreckt. 

4. Halbleiterbauelement-Testgerdt nach Anspruch 1, das zusatzlich zu dem Testab- 
schnitt eine zur AusObung einer Temperaturbelastung dienende Qnrichtung, die zum AusOben 
etner durch eine vorbestimmte Temperatur verursachten Temperaturbeanspruchung auf die 
Halbieiterfoauelemente ausgelegt ist; eine zur Beseittgung von WSrme/Kalte dienende Enrichtung, 
die zum Abf Qhren von Wlrme oder Kglte von Halbleiterbauelemente ausgelegt ist, die einem Test 
in dem Testabschnitt unterzogen worden sind; einen Beschickungsabschnitt zum Transportieren 
von Halbleiterbauelementen zu einem Testtablett und zum Umsetzen derselben auf das 
Testtablett; und einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten, von dem 
Testabschnin her zugefOhrtan Halbleitarbauelementan auf der Grundlage der Testergebnisse 
aufweist, wobei die Mehrzahl von Testtabfett-Transportpfaden in demjenigen Abschnitt des 
Testtablett-Transportpfads vorgesehen ist, der sich von der zur Ausubung der Temperatur- 
belastung dienenden Einrichtung bis zu dem Testabschnitt erstreckt. 

5. Halbleiterbauelement-TestgerSt nach Anspruch 4, bei dem dia zum AusOben der 
Tempereturbelastung dienende Einrichtung und der Testabschnitt in dem hinteren Abschnitt- des 
Halblelterbauelement-Teatgergta angaordnet sind, wfthrend der Beschickungsabschnitt und der 
Entladeabschnitt vor der zur AusQbung der Temperaturbelastung dienenden Bnrichtung und dem 
Testabschnitt posttioniert sind, wobei die zur Beseitigung der Warme/Kdite dienende Einrichtung 
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vor dem Testabschnitt und unterhalb des Entladeabschnitts angeordnet ist. 

6. Halbleiterbauetement*Testgerit nach Anspruch 1 oder 2« das zusitztich zu dem 
Testabschnitt einen Beschickungsabschnitt zum Transportieren und Umsetzen von Halbleiterbau- 
elementen zu einem und auf ein Testtablett sowie einen Entiadeabschnitt zum Aufnehmen und 
Sortieren von getesteten, von dem Testabschnitt her zugefuhrten Halbfeiterbauelementen auf der 
Grundlage der Testergebnisse umfeHtr bei dem die Mehrzahl von Testtablett-Transportpfaden in 
demjenigen Abschnitt des Tesnablen-Transportpfads vorgesehen 1st* der sich von dem 
Beschickungsabschnitt durch den Testabschnitt zu dem Entiadeabschnitt erstreckt. 

7. Haibleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 1 Oder 2, das zusatzlich zu dem 
Testabschnitt eine zur AusQbung einer Temperaturbelastung dienende Einrichtung, die zum 
Ausuben einer durch eine vorbestimmte Temperatur verursachten Temperaturbelastung auf die 
Halbleiterbauelemente ausgelegt ist; eine zur Beseitigung von Warme/Kalte dienende Einrichtung, 
die zum AbfQhren von Wdrme oder KSIte von Halbleiterbauelementen dient, die in dem 
Testabschnitt einem Testvorgang unterzogen worden sind; einen Beschickungsabschnitt zum 
Transportieren von Halbleiterbauelementen zu einem Testtablett und zum Umsetzen derselben 
auf das Testtablett; und einen Entiadeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten, 
von dem Testabschnitt her zugefuhrten Halbleiterbauelementen auf der Basis der Testergebnisse 
umfafit, wobei 

die Mehrzahl von Testtablett-Trensportpfaden in demjenigen Abschnitt des Testtablett- 
Transportpfads vorgesehen ist, der sich von der zur AusQbung einer Temperaturbelastung 
dienenden Einrichtung Qber den Testabschnitt zu der zur Beseitigung der Warme/Kalte dtenenden 
Einrichtung erstreckt. 

8. Halbleiterbauelement-Testgerit nach Anspruch 1, bel dem die zur AusQbung der 
Temperaturbelastung dienende Einrichtung, der Testabschnitt und die zur Beseitigung der 
Warme/Kalte dienende Einrichtung in dem hinteren Abschnitt des Halbleiterbauelement*Testgergt 
angeordnet slnd, wahrend der Beschickungsabschnitt und der Entiadeabschnitt vor der zur 
AusQbung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung, dem Testabschnitt und der zur 
Beseitigung der Wirme/Kdlte dienenden Bnrichtung angeordnet sind. 

9. Halbleiterbauelement-Testgerit nach einem der Anspruche 1 bis 8, bei dem zwei 
Testtablett-Transportpfade vorgesehen sind. 

10. Halbleiterbauelement-Testgerit nach einem der AnsprQche A, 5, 7 und B, bei dem 
die zur AusQbung der Temperaturbelastung dienende Einrichtung mit einer Vertikaltranspon- 
einrichtung versehen ist, die derart ausgestaltet ist, dafi sie eine Mehrzahl von Testtabietts in der 
Form eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei gestapelten Tabletts halten 
kann, wobei jede zum Halten von Testtabietts dienende Stufe der Vertikaltransporteinrichtung 
einen Raum zur Aufnahme einer Mehnahl von Testtabietts aufweist, derart, da& mehrere 
Testtabietts, die aufeinanderfolgend von dem Beschickungsabschnitt her eIngefQhrt werden, 
entweder auf der obersten oder der untersten, zum Halten von Testtabietts dienenden Stufe der 
Vertikaltransporteinrichtung aufeinanderfolgend von der RQckseite her in Riehtung zu der 
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Vorderseite der Stufe angeoixlnet werden, wobai aufeinanderfolgende Tabletts entweder mit 
vorbestimmten kleinen Abstinden zwischen benachbarten Tabletts Oder in gegenseitiger Aniage 
angeordnet warden. 



11. Halbleiterbauelement-Testgerat nach einem der Anspruehe 4, 5, 7 und 8, bei dam 
zwei Testtabfett-Transportpfade vorhanden sind und die zur AusObung dar Temperaturbelastung 
dienende Einrichtung mit einer Vertikaltransporteinrichtung veraehen ist, die derart ausgelegt ist, 
daB ste eine Metirzahl von Teattabletts in der Form eines Stapela mit einem vorbestimmten 
Abstand zwischen zwei gestapelten Tabletts halten kann, wobai jede zum Halten von 
Testtabletts dienende Stufe der Vertikaltransporteinrichtung einen Raum zur Aufnahme von zwei 
Testtabietts auf weist, derart, da& eln erstes Testtablett, das von dem Beschickungsabschnitt her 
eingefuhrt wird, entweder auf der obersten oder auf der untersten, zum Halten von Testtabletts 
dienenden Stufe der Vertikaltransporteinrichtung In dem hinteren Abschnitt der Stufe angeordnet 
wird und . ein zweites, nachfolgendes Testtabiett, das von dem Beschickungsebschnitt her 
eingefuhrt wird, entweder auf der obersten Oder der untersten, zum Halten von Testtabletts 
dienenden Stufe in dem vorderen Abschnitt dieser Stufe mit einem bestimmten kleinen Abstand 
zu Oder in Aniage mit dem ersten Testtablett angeordnet wird. 

12. Halbleiterbauelement-Testgerat nach einem der Anspruehe 4, 5, 7 und 8, bei dem 
die zur BeseKigung der Warme/Kalte dienende Einrichtung mit einer Vertikaltransporteinrichtung 
versehen ist die derart ausgelegt ist, daft sie eine Mehrzahl von Testtabietts In der Form eines 
Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei gestapelten Tabletts halten kann, 
wobet jede zum Hatten von Testtabletts dienende Stufe der Vertikaitransporteinrichtung eInen 
Raum zur Aufnahme einer l\4ehrzahl von Testtabletts umfaBt, derart, da& mehrere Testtabletts, 
die von dem Testabschnitt her eingefOhrt werden, entweder auf der obersten oder auf der 
untersten, zum Halten von Testtabietts dienenden Stufe der Vertikaltransporteinrichtung 
angeordnet werden. 

13. Halbleiterbauelement-Testgerat nach einem der Anspruehe 4, 5, 7 und 8, bei dem 
zwei Testtablett-Transportpfade vorhanden sind und die zur Beseitigung der Wdrme/Kilte 
dienende Einrichtung mit einer Vertikaltransporteinrichtung versehen ist, die so ausgelegt ist, daS 
sie eine Mehrzahl von Testtabletts in der Form eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand 
zwischen zwei gestapelten Tabletts haiten kann« wobei jede zum Halten von Testtabletts 
dienende Stufe der Vertikaltransporteinrichtung mit einem Raum zum Aufnehmen von zwei 
Tesnabletts versehen Ist, derart, daS zwei Testtabletts, die von dem Beschickungsabschnitt her 
eingefuhrt werden, so, wie sie sind, entweder auf der obersten oder auf der untersten, zum 
Halten von Testtabletts dienenden Stufe der Vertikaltransporteinrichtung angeordnet werden. 

14. Halbleiterbauelement-Testgerat eines Typs, der einen Beschickungsabschnitt zum 
Transportieren von Halbleiterbauelementen zu einem Tesnablett und zum Umsetzen derselben 
auf das Testtablett, und einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten 
Halbleiterbauelementen auf der Grundlage der Testergebnisse umfaQt, wobei auf einem 
Testtablett angeordnete Haibleiterbaueiemente von dem Beschickungsabschnitt zu einem 
Testabschnitt transportiert werden, in dem die Haibleiterbaueiemente unter Verbleib auf dem 
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Testtablett getestet werden und die getesteten Halbleiterbauelemente nach dam AbschKia das 
Tastvorgangs unter Verbleib auf dam Testtablat) von dam Testabschnitt zu dam 
Entladaabschnitt transporttert warden, wonach sie auf der Grundlage der Testargabnissa sortiart 
werdan« dadurch gekennzeichnat, da& etna Mahrzahl von Transpoitpfadan in damjantgan 
Abschnitt das Testtablatt-Transportpfads vorgasehen ist, der sich von dem Entladaabschnitt zu 
dam Beachiclcungsabschnin erstreclct. 

15. Halblelterbauelement-Tastgarit nacii Anspruch 14, das waiterhin eine zum AusOben 
einer Temperaturbeiastung dienanda Einrichtung, die zum Ausuban einar durch eine vorbe- 
stimmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbeiastung auf Haibieiterbauelemente ausgelegt 
ist, und eine zum Beseittgen von Warme/Kalte dienende Einrichtung umfal&t, die zum AbfQhren 
von Wdrme Oder KSIte von einem Teat in dem Testabschnitt unterzogenen Haibleiterbauelemen- 
ten ausgelegt ist, und bel dem: 

die zur AusCibung der Temperaturbetastung dienende Einrichtung und der Testabschnitt 
in dem hinteren Abschnitt des Halbleiterbauelement-Testgerdts angeordnet sind, wahrend der 
Beschicleungsabschnitt und der Enttadeabschnitt vor der zur AusQbung der Temperaturbeiastung 
dienenden Enrichtung und dem Testabschnitt angeordnet sind, und wobei die zur Besettigung 
der WSrme/KSite dienende Einrichtung vor dem Testabschnin und unterhalb des 
Entladeabschnitts angeordnet ist. 

16. Halblelterbauelement-Testgerat nach Anspruch 14, das weiterhin eine zur 
AusQbung einer Temperaturbeiastung dienende Enrichtung, die zum Ausuben einer durch eine 
vorbestimmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbeiastung auf die Halbleiterbauelemente 
ausgelegt ist, und eine zur Beseitlgung von WSrme/Kalte dienende Einrichtung umfaBt, die zum 
AbfQhren von Warme Oder Kilte von Halbieiterbauelamenten dient, die einem Test in dem 
Testabschnitt unterzogen worden sind, und bei dem: 

die zur AusQbung der Temperaturbeiastung dienende Einrichtung, der Testabschnitt und 
die zur Beseitigung der Warme/K§lte dienende Einrichtung in dem hinteren Abschnitt des 
Haibleiterbauelement-Testgerats angeordnet sind, wShrend der Beschicleungsabschnitt und der 
Entladaabschnitt vor der zur AusQbung der Temperaturbeiastung dienenden Einrichtung, dem 
Testabschnitt und der zur Beseitigung der Wirme/KSlte dienenden Einrichtung angeordnet sind. 

17. IHalbleiterbaualement-Testgerat nach einem der AnsprQche 14 bis 16, bei dem zwei 
Testtablett'Transportpfada vorhanden sind. 

18. Halbleiterbauelement-TestgerSt eines Typs, bei dem auf einem Testtablett aufge- 
brachte Halbleiterbauelemente zu einem Testabschnitt transportiert werden, bei dem die 
Halbleiterbauelemente unter Verbleib auf dem Testtablett getestet werden und nach dem 
Abschlull des Testvorgangs aus dem Testabschnitt heraustransportiert werden, wonach sie auf 
der Grundlage der Testergebnisse sortfert werden, dadurch gekennzeichnet, daS ein Testtablett- 
Transportpfad, der zum Transportieren von mit Halbleiterbauelementen bestuclcten Testtabietts 
zu dem Testabschnitt dient, eIn verbreiterter Pfad ist, der ausreichend breit ist, um eine Mehrzahl 
von Testtabietts gleichzeitig so zu transportieren, dafi die Mehrzahl von Testtabietts In einer 
Richtung nebeneinander liagen, die quer zu dem Tasttablett-Transportpfad verlauft. 
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19. Halblelterbauelement-TestgerSt nach Anspruch 18, bei dam zusitzfich zu demjeni- 
gen Testtablett-Transportpfad, der zum Transportleren von mit Halbleiterbauelementen 
bestuckten Testabschnitts zu dam Testabschnitt dient, ein Testtablett-Transportpfad* der zum 
Transportleren von mit getesteten Halblerterbauelementen bestOckten Testtabletts aus dem 
Testabschnitt nach dem AbschluS des Testvorgangs dient, ein verbrelterter Transportpfad ist, 
der ausreichend breit ist, um eine Mehrzahl von Testtabletts gleichzeitig so zu transportieren, 
daQ die Mehrzahl von Testtabletts in derjentgen RIchtung nebenelnander angeordnet sind, die 
quer zu dem Testtablett-Transportpfad verlauft. 

20. Halblelterbauelement-Testgerat nach Anspruch 18« das zusatzlich zu dem Testab- 
schnitt einen Beschickungsabschnin zum Transportieren und Umsetzen von Halbleiterbauelemen- 
ten zu einem und auf ein Testtabiett, und einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren 
von getesteten, von dem Testabschnitt her zugefOhrten Halbleiterbauelementen auf der Grund* 
lege der Testergebnisse umfa&t, bei dem ein Testtablett-Transportpfad, der zum Transportieren 
von Testtabletts dient und sich von dem Beschickungsabschnitt zu dem Testabschnitt erstreckt, 
etn verbrelterter Transportpfad ist, der ausreichend breit ist, um eine MehrzaM von Testtabletts 
gleichzeitig so zu transportieren, daS die Mehrzahl von Testtabiens in der quer zu dem 
Testtablett-Transportpfad verlaufenden RIchtung nebenelnander angeordnet sind. 

21. Halbteiterbauelement-Testgerit nach Anspruch 18, das zusitzlich zu dem 
Testabschnitt eine zur AusQbung einer Temperaturbelastung dienende EInrichtung, die zum 
AusOben eIner durch eine vorbestimmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbelastung auf 
die Halbleiterbauelemente ausgelegt ist; eine zur Beseitigung von WSrme/KStte dienende 
Einrichtung, die zum Abfuhren von Warme Oder Kilte von Helblelterbauelementen dient, die 
einem Test in dem Testabschnitt unterzogen worden sind; einen Beschickungsabschnin zum 
Transportieren von Halbleiterbauelementen zu einem Testtablen und zum Umsetzen derselben 
auf das Tesnablett; und einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten, 
von dem Testabschnitt her zugefuhrten Helblelterbauelementen auf der Grundlage der 
Testergebnisse umfa&t, wobel ein Testtablett-Transportpfad, der zum Transportleren von 
Testtabletts dient und sich von der zur AusQbung der Temperaturbelastung dienenden 
Qnrichtung zu dem Testebschnitt erstreckt, ein verbrelterter Transportpfad ist, der ausreichend 
breit ist, um die Mehrzahl von Testtabiens gleichzeitig so zu transportieren, daB die Mehrzahl 
von Testtabletts in der quer zu dem Testtablett-Transportpfad verlaufenden Richtung 
nebenelnander angeordnet sind. 

22. Halbleiterbauelement-Testgerit nach Anspruch 21, bei dem die zur AusQbung der 
Temperaturbelestung dienende Einrichtung und der Testabschnitt in dem hinteren Abschnitt des 
Halbleiterbauelement*Testgerats angeordnet sind, wShrend der Beschickungsabschnitt und der 
Entladeabschnitt vor der zur AusQbung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung und dem 
Testabschnitt angeordnet sind, und wobel die zum Beseitigen von Wirme/Kilte dienende 
Enrichtung vor dem Testabschnitt und unterhalb des Entladeabschnltts angeordnet ist. 

23. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 1 8, das zusdtzlich zu dem Testab* 
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schnitt einen Beschickungsabschn'itt zum Transportiaren und Umsetzen von Halbleiterbauelemen- 
ten zu einem und auf ein Testtabtett sowie einen Entladeabschnitt zum Autnehman und Sortieren 
von getesteten, von dem Testabschnitt her zugefuhrten Halbleitorbauelementen auf der Grund- 
lags der Testergebnisse umfa&t« wobei ein Testtablen-Transportpfad, der zum Transportieren 
von Testtabtetts dient und sich von dem Beschickungaabschnin durch den Testabschnitt zu dem 
Entladeabschnitt erstreckt, ein verbreiterter Pfad ist, der ausreichend breit ist, urn eine Mehrzahl 
von Testtabletts gleichzeitig so zu transportieren, daS sich eine Mehrzahl von Testtabletts in 
derjenigen Richtung gegenQberiiegt, die quer zu dem Testtablett*Transportpfad verlfiuft. 

24. Halblerterbauelemem-Testgerat nach Anspruch 18 Oder 19, das zusitzlich zu dem 
Testabschnin eine zur Ausubung einer Temperaturbelastung dienende Einrichtung, die zum 
AusOben einer dutch eine vorbestimmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbelastung auf 
die Halbietterbauelemente ausgelegt ist; eine zum Beseitigen von Wirme/Kfllte dienende 
Einrtchtung, die zum Abfuhren von Warme oder Kalte von l-lalbieiterbauelementen ausgelegt ist, 
die einem Testvorgang in dem Testabschnitt unterzogen worden aind; einen Beschickungs- 
abschnitt zum Transportieren von Halbleiterbauelementen zu einem Testtablett und zum 
Umsetzen derselben auf das Testtablett; und einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und 
Sortieren von getesteten, von dem Testabschnin her zugefuhrten iHalbleiterbauelementen auf der 
Grundlage der Testergebnisse umfafit, und bei dem ein Testtablett-Transportpfad, der zum 
Transponieren von Testtabletts dient und sich von der zur AusObung der Temperaturbelastung 
dienenden Einrichtung durch den Testabschnitt zu der zum Beseitigen von Wirme/Kalte 
dienenden Einrichtung erstreckt, ein verbreiterter Pfad ist, der ausreichend brett ist, um eine 
Mehrzahl von Testtabletts gleichzeitig so zu transportieren, daft die Mehrzahl von Testtabletts in 
der quer zu dem Testtablett-Transportpfad verlaufenden Richtung nebeneinander angeordnet 
sind* 

25. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 24, bei dem die zur AuaQbung der 
Temperaturbelastung dienende Einrichtung, der Testabschnitt und die zum Beseitigen von 
WSrme/Kaite dienende Einrichtung in dem hinteren Abschnitt des Hatblelterbauelement- 
Testgerats angeordnet sind, wahrend der Beschickungsabschnitt und der Entladeabschnitt vor 
der zur AusObung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung, dem Testabschnitt und der 
zum Beseitigen von Warme/Katte dienenden Einrichtung angeordnet sind. 

26. Halbleiterbauelement-TestgerSt nach einem der Anspruche 18 bis 25, bei dem die 
Mehrzahl von Testtablens, die in der quer zu dem Testtablett-Transportpfad verlaufenden 
Richtung nebeneinander angeordnet sind, sich in gegenseitigem Bngriff beflnden. 

27. Halblefterbauelement-Testgerat nach einem der AnsprQche 18 bis 25, bei dem die 
Mehrzahl von Testgerfiten, die in der quer zu dem Testtablett-Transportpfad verlaufenden 
Richtung nebeneinander angeordnet sind, durch zwei Testtabtetts gebildet ist, die sich in 
gegenseitigem Eingriff befinden. 

28. Halbleiterbauelement-Testgerat nach einem der AnsprQche 21, 22, 24 und 25, bei 
dem die zur AusObung der Temperaturbelastung dienende Einrichtung mit einer Vertikaltransport- 
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einrichtung versehen ist, die so ausgelegt Sst, da& sie eine Mehnahl von Testtabletts in der Form 
eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei gestapelten Tabletta halten 
kann, wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertjka>transponefnrichtung 
einen Raum zum Aufnehmen einar Mehrzahl von Testtabletts umfa&t, derart, da& etna Mehrzaht 
von aufelnanderfolgend von dam Beschtckungsabschnitt her eingefQhrten Testtabletts entweder 
auf der obersten Oder auf der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe der 
Vertikaltransporteinrichtung aufeinanderfolgend von der RQckseite her in Richtung zu der 
Vorderseite der Stufe angeordnet warden, wobei aufeinanderfolgende Tabletts in gegenseitigen 
integralen Engriff gebracht sind. 

29. Halbteiterbaueiement-Testgerit nach einem der AnsprOche 21, 22, 24 und 25, bei 
dem die Mehrzaht von Testtabletts, die in der quer zu dem Testtablett-Transportpfad verlaufen- 
den Richtung nebaneinander angeordnet sind, durch zwai Testtabletts gebildet sind, die sich in 
gegenseitigem Engriff befinden; und 

bei dem die zur AusObung der Temperaturbelastung dienende Einrichtung mit einer 
Vertikaltransporteinrichtung versehen ist, die so ausgelegt ist, daft ste eine Mehrzahl von 
Testtabletts in die Form aines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei 
gestapelten Tabletts halten kann, wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der 
Vertikaltransporteinrichtung einen Raum zum Aufnehmen von zwei Testtabletts umfaSt, derart, 
dafi ein erstes Testtablett, das von dem Beschickungsabschnitt her zugefuhrt wird, entweder auf 
der obersten Oder auf der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe der Vertikal- 
transporteinrichtung in dem hinteren Abschnitt der Stufe angeordnet wIrd und ein zweites 
nachfolgendes Testtablett, das von dem Beschickungsabschnitt her eingefuhrt wird, entweder 
auf der obersten oder auf der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe in dem 
vorderen Abschnitt der Stufe so angeordnet wird, da& es sich mit dem ersten Tabiett in Engriff 
befindet. 

30. Halbleiterbauelement-Testgerat nach einem der AnsprQche 21, 22, 24 und 25, bei 
dem die zur Beseltlgung der Wirme/Kilte dienende Einrichtung mit eIner Vertikaltransport- 
einrichtung versehen ist, die so ausgestaltet ist, da& sie eine Mehrzahl von Testtabletts in der 
Form eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei gestapelten Tabletts halten 
kann, wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertikaltransporteinrichtung 
einen Raum zum Aufnehmen einer Mehrzahl von Testtabletts umfa&t, derart, da& eine Mehrzahl 
von Testtabletts, die sich in einer quer zu dem Tesnablett-Transportpfad verlaufenden Richtung 
gegenQberllegen und von dem Beschickungsabschnitt her eingefQhrt warden, als solche 
entweder auf der obersten oder der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe der 
Vertikaltransponeinrichtung angeordnet wird. 

31. Halbleiterbauelemem-Testgerit nach einem der AnsprOche 21, 22, 24 und 25, bei 
dem die Mehrzahl von Testtabletts, die in der quer zu dem Testtablett-Transportpfad verlaufen- 
den Richtung nebeneinander liegen, durch zwei Testtablens gebildet sind, die sich in gegenseiti- 
gem Engriff befinden; 

wobei die zum Beseitigen der Warme/Kalte dienende Einrichtung mit einer Vertikaltrans- 
porteinrichtung versehen ist, die so ausgebildet ist, da& sie eine Mehrzahl von Testtabletts in der 
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Form eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei gestapelten Tabletts halten 
kann, und wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertilcaltransporteiniich- 
tung einen Raum zum Aufnahmen von zwei Testtabletts umfa&t, derait, daB zwei Testtabletts, 
die sich in der quer zu dam Testtablett-Transportpfad veiiaufenden Richtung gegenQberfiegen 
und von dem Beschickungsabschnitt her zugefOhrt worden sind, als solche entweder auf der 
obersten oder auf der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe der 
Vertikaltransportelnrichtung angeordnet warden. 

32. Haibieiterbauelement-Testgerat eines Typs, der einen Beschickungsabschnitt zum 
Transportleren von Halbleiterbauelementen zu einem Testtablett und zum Umsetzen derselben 
auf das Testtablett und einen Entiadeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten 
Halbleiterbauelementen auf der Grundlage von Testergebnissen umfaBt, und bei dem auf einem 
Testtablett aufgebrachte Halbleiterbauelemente von dem Beschlckungsabschnin zu einem 
Testabschnrtt transportiert werden, in dam die Halbleiterbauelemente unter Verbleib auf dem 
Testtablett getestet werden und die getesteten, auf dem Testtablett aufgebracfiten 
Halbleiterbauelemente nach dem Abschluft des Testvorgangs von dem Testabschnitt zu dem 
Entiadeabschnitt transportiert werden, wonach sie auf der Grundlage der Testergebnisse sortiert 
werden, dadurch gekennzelchnet, da& ein Testtablett-Transportpfad, der zum Transportien von 
Testtabletts dient und sIch von dem Entiadeabschnitt zu dem Beschickungsabschnitt erstreckt, 
ein verbreiterter Pfadi der ausrelchend breit ist, um sine Mehrzahl von Testtabletts gleichzeitig so 
zu transportleren, daG die Mehrzahl von Testtabletts In einer Richtung nebenelnander angeordnet 
sind, die quer zu der Richtung des Testtablett-Transportpfads verlfiuft. 

33. Halbleiterbaualement-Testgerat nach Anspruch 32, das weiterhin eine zur 
AusObung einer Temperaturbeiastung dienende EInrichtung, die zum Ausuben einer durch etne 
vorbestlmmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbeiastung auf die Halbleiterbauelemente 
ausgelegt ist, und eine zum Beseitigen von Warme/Kilte dienende Einrichtung umfaBt, die zum 
Abfuhren von Warme Oder KStte von Halbleiterbauelementen dient, die einem Test in dem 
Testabschnrtt unterzogen worden sind, und bel dem: 

die zur AusQbung der Temperaturbeiastung dienende Einrichtung und der Testabschnin 
in dem hinteren Abschnitt des Halbleiterbauelement-Testgerfits angeordnet sind, wShrend der 
Beschickungsabschnitt und der Entiadeabschnitt vor der zur AusObung der Temperaturbeiastung 
dienenden Einrichtung und dem Testabschnitt angeordnet sind und bei dem die zur Beseitigung 
von WSrme/Kilte dienende Einrichtung vor dem Testabschnitt und unterhalb des Entladeab- 
schnitts angeordnet ist. 

34. Halbleiterbauetement-Testgerat nach Anspruch 32, das weiterhin eine zur 
AusObung einer Temperaturbeiastung dienende Enrichtung, die zum Ausuben einer durch eine 
vorbestlmmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbeiastung euf Halbleiterbauelemente 
ausgelegt Ist, und eine zur Beseitigung von Wdrme/Kdite dienende Einrichtung umfaQt, die zum 
AbfOhren von Wirme oder Kilte von Halbleiterbauelementen ausgelegt ist, die In dem 
Testabschnitt einem Testvorgang unterzogen worden sind, und bei dem: 

die zur AusQbung der Temperaturbeiastung dienende Einrichtung, der Testabschnitt und 
die zur Beseitigung der Wirme/K31te dienende Enrichtung in dem hinteren Abschnitt des 
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Halbterterbauefement'Testgerfits angeordnet sind, wihrervd der Beschickungsabschnitt und der 
Enttadeabschnrn vor der zur Ausubung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung« dam 
Testabschnitt und der zur Beseitigung der Warme/Kafte dienenden Enrichtung angeordnet sind. 

35. HatbleiterbauelemenMestgerSt nach einem der AnsprOche 32 bis 34, bai dem die 
Mehrzahl von Testtabletts, die in der quer zu dem Testtablett-Tran^ortpfad veriaufenden 
Richtung nebenelnander angeordnet sind, in gegenseitigem Eingriff stehen. 

36. Halbleiterbauelement'Testgerdt nach einem der AnsprOche 32 bis 34, bei dem die 
Mehrzahl von Testtabletts, die sich in der quer zu dem Testtablett-Transportpfad veriaufenden 
Richtung nebeneinander befinden, durch zwei Testtabletts gebildet ist, die sich in gegenseitigem 
Eingriff befinden. 

37. Halbleiterbauelement-Testgerat eines Type, bei dem auf einem Testtablett aufge- 
brachte Halbleiterbauelemente zu einem Testabschnitt transportiert warden, in dem die Halblei- 
terbauelemente unter Verbleib auf dem Testtablett getestet werden und nach dem AbschluB des 
Testvorgangs aus dem Testabschnitt heraustransportiert werden, wonach sie auf der Grundlage 
der Testergebnisse sortiert werden, dadurch gekennzeichnet, da& das Testtablett eine Im 
wesentlichen rechteckfarmige Gestalt aufweist und daB ein Testtabiett-Transportpfad, der zum 
Transportieren von mit Halbleiterbauelementen bestQckten Testtabletts zu dem Testabschnitt 
dient, ein verbreiterter Transportpfad 1st, der ausreichend brelt ist, um das rechteckformige 
Testtablett so zu transportieren, da& sich die lingers Kante des Testtabletts in der Transportrich- 
tung des Testtabletts gesehen vorne beflndet. 

38. Halbleiterbaueiement-TestgerSt nach Anspruch 37, bei dem zusatzllch zu dem 
verbreiterten Transportpfad, der zum Transportieren von rechteckfdrmigen. mit Halbleiterbau- 
elementen bestOckten Testtabletts zu dem Testabschnitt dient, ein Testtabiett-Transportpfad, 
der zum Transportieren von rechteckf drmigen, mit getesteten Halbleiterbauelementen bestQckten 
Testtabletts aus dem Testabschnitt nach dem AbschluB des in dem Testabschnitt 
durchgefOhrten Testvorgangs heraus ausgelegt ist, ein verbreiterter Transportpfad ist, der 
ausreichend brelt ist, um das rechteckformige Tesnablett so zu transportieren, daft die Idngere 
Kante des Testtabletts in der Transportrichtung des Testtabletts vorne iiegt. 

39. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 37, das zusfitzlich zu dem Testab- 
schnitt einen Beschickungsabschnitt zum Transportieren und Umsetzen von Halbleiterbauelemen- 
ten zu einem und auf ein Testtablett und einen Entladeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren 
von getesteten, von dem Testabschnitt her zugefQhrten Halbleiterbauelementen auf der Grund- 
lage der Testergebnisse umfaBt, bei dem ein Testtabiett-Transportpfad, der sich von dem 
Beschickungsabschnitt bis zu dem Testabschnin erstreckt, ein verbreiterter Transportpfad ist, 
der ausreichend brelt ist, um das rechteckformige Testtablett so zu transportieren, daft die 
langere Kante des Testtabletts in der Transportrichtung des Testtabletts gesehen vorne Itegt.. 

40. Halbleiterbaueiement-TestgerSt nach Anspruch 37, das zusStzlich zu dem 
Testabschnitt eIne zur Ausubung einer Temperaturbelastung dienende Einrichtung, die zum 
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AusObon einer durch eine vorbestlmmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbelastung auf 

die Halbleiterbauelemente ausgelegt ist; eine zur Beseitigung von W§rme/K§lte dienende 
Enrichtung, die zum Abfuhren von Wirme oder KSfte von den Haibleiterbauelementen, die einem 
Test in dem Testabschnitt unterzogen worden sind, ausgelegt ist; einen Beschickungsabschnitt 
zum Transportteren und Umsetzen von Halbleiterbauetenienten zu und auf ein Testtablett; und 
einen Entladeabschnrtt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten, von dem Testabschnitt 
her zugefuhrten Halbleiterbauelementen auf der Grundlage der Testergebnisse umfaBt, wobei ein 
Testtablet-Transpoitpfad, der zum Transportleren von Testtabletts dient und sich von der zur 
Ausubung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung zu dem Testabschnitt erstreckt^ ein 
verbreiterter Transportpfad ist, der ausreichend breit ist, um das rechteckformige Testtablett so 
zu transportleren, da& die iangere Kante des Testtablens in Transportrichtung des Testtabletts 
vome liegt. 

41. Halbleiterbauelement-Testgerit nach Anspruch 37 oder 38, bei dem die zur 
Ausubung der Temperaturbelastung dienende Enrichtung und der Testabschnitt in dem hinteren 
Abschnitt des Hatbleiterbauelement-Testgerates angeordnet aind, wihrend der Beschickungsab- 
schnitt und der Enttadeabschnitt vor der zur Ausubung der Temperaturbelastung dienenden 
Einrichtung und dem Testabschnitt angeordnet sind, und wobei die zur Beseitigung der 
Wirme/Kalte dienende Einrichtung vor dem Testabschnitt und unterhalb des Entladeabschnitts 
angeordnet ist. 

42. Haibleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 38, das zusatzlich zu dem Testab- 
schnitt einen Beschickungsabschnitt zum Transportieren und Umsetzen von Halbleiterbauelemen- 
ten zu einem und auf ein Testtablett, sowie einen Entiadeabschnitt zum Aufnehmen und 
Sortieren von getesteten, von dem Testabschnitt her zugefQhrten i-lalblelterbauelementen auf der 
Grundlage der Testergebnisse umfa&t, wobei ein Testtablett^Trensportpfad, der sich von dem 
Beschickungsabschnitt durch den Testabschnitt zu dem Entladeabschnin erstreckt, ein 
verbreiterter Transportpfad ist, der ausreichend breit ist, um das rechteckfdrmige Testtablett so 
zu transportieren, dafi die Iangere Kante des Testtabletts in der Transportrichtung des 
Testtabletts gesehen vorne llegt. 

43« Halbieiterbauelement-Testgerdt nach Anspruch 37 oder 38, das zusdtzllch zu dem 
Testabschnitt eine zur Ausubung einer Temperaturbelastung dienende Einrichtung, die zum 
Ausuben einer durch eine vorbestimmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbelastung auf 
die Halbleiterbauelemente ausgelegt ist; eine zur Beseitigung von Wdrme/Kdlte dienende 
Einrichtung, die zum Abfuhren von Warme oder KSite von Helbleiterbauelementen, die einem 
Test in dem Testabschnitt unterzogen worden sind, ausgelegt ist; einen Beschickungsabschnitt 
zum Transportieren und Umsetzen von Halbleiterbauelementen zu und auf ein Testtablett; und 
einen Entiadeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten, von dem Testabschnitt 
her zugefuhrten Halbleiterbauelementen auf der Grundlage der Testergebnisse umfafit, wobei ein 
Testtablett-Transportpfad, der sich von der zur AusObung der Temperaturbelastung dienenden 
Einrichtung durch den Testabschnitt bis zu der zur Beseitigung der Wfirme/Kfilte dienenden 
Einrichtung erstreckt, ein verbreiterter Transportpfad ist, der ausreichend breit ist, um das 
rechteckfdrmige Testtablett so zu transportieren, dafi die ifingere Kante des Testtabletts in der 
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Transpoitrichtung des Testtabletts vorne Kegt. 

44. Halbleiterbauelement-TestgerSt nach Anspruch 43, bai dam die zur Ausubung der 
Temperaturbelastung dienenda Bnrichtung, der Testabschnitt und die zur Beseittgung der 
Warme/Kilte dienende Einrichtung in dem hmteren Abschnitt des Halbleiterbauelement-Testgerd- 
tes angeordnet sind, wShrend der Beschickungsabschnitt und der Entladeabschnitt vor der zur 
Ausubung der Temperaturbelastung dienenden Einrichtung, dem Testabschnitt und der zur 
Besehigung der Wirme/KSIte dienenden Einrichtung angeordnet sind. 

45. HaJbleiterbauelement-Testgerat nach einem der AnsprOche 37 bis 44« bai dem eine 
Mehrzahi von rechteckfdrmigen Testtablens glelchzeittg seriell entlang des Testtablett-Transport- 
pfads so transportiert wird, dafi die langere Kante jedes der Testtabletts in der Transportrichtung 
der Testtabletts vorne liegt. 

46. Halbleiterbauelement-Testgerdt nach einem der Anspruche 37 bis 44, bei dem zwel 
rechteckfdrmige Testtabletts gleichzeitig entlang des Testtablett-Transportpfads seriell so 
transportiert werden, da& die lingere Kante jedes der Testtabletts in der Transportrichtung der 
Tesuabletts vorne liegt. 

47. Halbletterbauetement-TestgerSt nach einem der Anspruche 40, 41 , 43 und 44« bei 
dem die zur AusObung der Temperaturbelastung dienende Einrichtung mit einer Vertikaltransport* 
einrichtung versehen ist, die so ausgebildet ist, dal^ sie eine MehrzahJ von Testtabletts in der 
Form eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei gestapalten Tabletts hatten 
kann, wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertikaltransporteinrichtung 
einen Raum zum Aufnehmen einer Mehrzahi von Testtabletts in einer Reihe aufweist, derart, da& 
die lingere Kante jedes der Testtabletts in der Transportrichtung der Testtabletts vorne liegt, 
wenn die Testtabletts von dem Beschickungsabschnin her eingef Qhrt werden. 

48. Halbleiterbauelement-Testgerdt nach Anspruch 47, bei dem die Mehrzahi von 
Testtabletts, die aufeinanderfolgend von dem Beschickungsabschnitt her zugefOhrt werden, 
entweder auf der obersten oder auf der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe 
der Vertikaltransporteinrichtung angeordnet werden, wonach die Testtabletts sukzessive, mit 
Ausnahme des zuietzt eingefOhrten Tesnabletts, in einer Richtung geleitet werden, die 
rechtwinklig zu ihrer EinfQhrungsrichtung verliuft, wohingegen das zuietzt eingefOhrte 
Testtablett so, wie es von dem Beschickungsabschnitt her eingefuhrt worden ist, belbehalten 
wird. so dafi eine Mehrzahi von Testtabletts von dem Aus(a& der zur AusObung der 
Temperaturbelastung dienenden Einrichtung her mit vorbestimmten kleinen Abstgnden zwischen 
aufelnanderfolgenden Tablens Oder in gegenseltiger Aniage entweder auf der obersten Oder auf 
der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe der Vertikaltransporteinrichtung so 
angeordnet werden, daG sie in einer Reihe nebeneinander iiegen. 

49. Halbletterbauelement-Testgerat nach Anspruch 47, bei dem jede, zum Halten von 
Testtabletts dienende Stufe der Vertikaltransporteinrichtung der zur Beseitigung der WSrme/Kalte 
dienenden Qnrichtung einen Raum zum Aufnehmen von zwei Testtabletts in einer Reihe 
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aufweist, derait, daS die langere Kanto jedes der Testtabletts in der Tran^itrichtung dar 
Testtabletts vorne liegt. 

50. Halbleiterbauelement-Teatgerat nach einem dar Ansprfiche 40, 41, 43 und 44, bai 
dem die zur Beseitigung der Wfirme/K§lte dienende Einiichtung mit elner Vertikattransport- 
einrichtung ausgestattet iat, die 80 ausgelegt ist, da6 sie eine Mehrzahl von Testtabletts in der 
Form eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei gestapelten Tabletts halten 
Icann, wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertlkeltransporteinrichtung 
einen Raum zum Aufnehmen einer Mehrzahl von Testtabletts in einer Reihe derart umfaBt, da6 
die ISngere Kante jedes der Testtabletts in der Transportrichtung der Testtabletts vorne iiegt, 
derart, daS eine Mehrzahl von Testtabletts, die von dem Testabschnitt her seriell eingefOhrt 
werden, als solche entweder auf der obersten oder auf der untersten, zum Halten von 
Testtabletts dienenden Stufe der Vertikaltransporteinrlchtung angeordnet werden. 

51. Halbleiterbauelement-Testgerdt nach einem der AnsprQche 40, 41, 43 und 44, bei 
dem die zur 8eseitigung der Wfirme/Kalte dienende Einrichtung mtt einer Vertikaltransportein- 
richtung ausgestattet \sx, die so ausgestattet ist, da& sfe eine Mehrzahl von Testtabletts in der 
Form eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei gestapelten Tabletts halten 
kann, wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der Vertikaltransporteinrlchtung 
einen Raum zum Aufnehmen von zwei Testtabletts in einer Reihe umfaSt, derart, daft die iingere 
Kante jedes der Testtabletts in der Transportrichtung der Testtabletts vorne liegt, derart, dell 
zwei Testtabletts, die seriell von dem Testabschnitt her eingefuhrt werden, als solche entweder 
auf der obersten oder auf der untersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe der 
Vertikaltransporteinrlchtung angeordnet werden. 

52. Halbleiterbauelement-Testgerdt eines Typs, bei dem ein Beschickungsabschnitt zum 
Transportieren und Umsetzen von Halblelterbauelementen zu einem und auf ein Testtabfett und 
ein Entladeabschnitt zum Aufnehmen und Sortieren von getesteten Halblelterbauelementen auf 
der Grundlage der Testergebnisse vorhanden ist, und bei dem auf einem Testtablett aufgebrachte 
Halbletterbauelemente von dem Beschickungsebschnitt zu einem Testabschnitt transportlert 
werden, in dem die Halbleiterbauelemente unter Verbleib auf dem Testtablett getestet werden, 
und die getesteten, auf dem Testtablett befindlichen Halbleiterbauelemente nach dem AbschluS 
des Tests von dem Testabschnitt zu dem Entladeabschnitt transportlert werden, wonach sie auf 
der Grundlage der Testergebnisse sortiert werden, dadurch gekennzelchnet, daft ein Testtabten- 
Transportpfad, der zum Transportieren von Testtabletts dient und sich von dem Entladeabschnitt 
zu dem Beschickungsabschnitt erstreckt, ein verbreiterter Transportpfad ist, der ausreichend 
breit ist, urn ein rechteckfSrmiges Testtablett so zu transportieren, dal^ die Ifingere Kante des 
Testtsbletts in der Transportrichtung des Testtabletts gesehen vorne liegt. 

53. Halbleiterbauelement-Testgerdt nach Anspruch 52, das weiterhin eine zur 
Ausubung elner Temperaturbelastung dienende Einrichtung, die zum Ausuben einer durch eine 
vorbestimmte Temperatur hervorgerufene Temperaturbelastung auf die Halbleiterbauelemente 
ausgelegt ist, und eine zur Beseltigung von WSrme/Kilte dienende Einrichtung umfafit, die zum 
Abfuhren von Warme oder Kdlte von Halbteiterbauelementen dient, die in dem Testabschnitt 
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einem Testvorgang unterzogen worden sind, und bet dem die zur AusQbung der Tempsraturbels- 
stung dienende Einiichtung und der Testabschnitt in dem hinteren Abschnitt des Halbleiterbau- 
element-Testgerats angeordnet sind, wihrend der Beschictcungsabschnitt und der Entladeab- 
schnitt vor der zur Ausubung der Temperaturbelastung dienenden Einrlchtung und dem Testab- 
schnitt angeordnet sind, und bei dem die zur Beseitigung der Warme/Kalte dienende Einrichtung 
vor dem Testabschnitt und unterhalb des Entladeabschnitts angeordnet ist. 



54. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 52, das weiterhin eine zur 
Ausubung einer Temperaturbelastung dienende Einrichtung, die zum Ausuben einer durch eine 
vorbestimmte Tsmperatur hervorgerufenen Temperaturbelastung auf die Halbleiterbaueiemente 
ausgelegt ist, und eine zur Beseitigung von Wdrme/tCSite dienende Einrlchtung umfaBt, die zum 
AbfQhren von Warme Oder Kilte von Halbleiterbauelementen dient, die einem Testvorgang in 
dem Testabschnitt unterzogen worden sind, und bei dem die zur Ausubung der 
Temperaturbelastung dienende Einrlchtung, der Testabschnitt und die zur Beseitigung der 
Warme/Kilte dienende Einrichtung in dem hinteren Abschnitt des Halbielterbauelement- 
TestgerSts angeordnet sind, wihrend der Beschictcungsabschnitt und der Entladeabschnitt vor 
der zur Ausubung der Temperaturbelastung dienenden Enrichtung, dem Testabschnitt und der 
zur Beseitigung der Wdrme/Kalte dienenden Einrlchtung angeordnet sind. 

55. Halbleiterbaueiement-Testgerat nach einem der Anspruche 52 bis 54, bei dem eine 
Mehrzahl der rechteckfdrmlgen Tesnablens glelchzeitig entlang des Testtablett-Transportpfads 
serlell so transportiert wird, daS die lingere Kante jedes der rechteckfdrmlgen Testtebletts in der 
Trensportrichtung der Tesnabietts entlang des Testtablett-Transportpfads geaehen vome liegt. 

56. IHalbleiterbaueiement-Testgerat nach einem der AnsprQche 52 bis 54, bef dem zwei 
der rechteckformigenTesttabletts glelchzeitig seriell so transportiert werden, da& die iingere 
Kante jedes der rechteclcfdrmigen Testtabletts in der Tranaportrichtung der Testtabletts entlang 
des Testtablett-Transportpfads gesehen vorne liegt. 

57. Halbleiterbaueiement-Testgerat eines Typs, bei dem auf einem Testtablett befindli- 
che Halbleiterbaueiemente zu einem Testabschnitt transportiert warden, bei dem die Halbleiter- 
baueiemente unter Verbleib auf dem Testtablett getestet werden, und bei dem die Halbleiterbau- 
eiemente nach dem AbschluG des Testvorgangs aus dem Testabschnin heraustransportiert 
warden, wonach sie auf der Grundlage der Testergebnisse sortiert warden, dadurch geCtenn- 
zeichnet^, daQ eine Vertitcaltransporteinrichtung, die so ausgestaltet ist, da& sie eine Mehrzahl 
von Testtabletts in der Form eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwischen zwei 
gestapelten Tabletts halten kann, in einer Konstanttemperaturkammer angeordnet ist, die eine 
zur AusQbung einer Temperaturbelastung dienende Einrichtung, die zum AusQben einer durch 
eine vorbestimmte Temperatur hervorgerufenen Temperaturbelastung auf Halbleiterbaueiemente 
ausgelegt ist, und den Testabschnitt enthfilt, wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende 
Stufe der Vertikaltransportelnrichtung einen Raum zum Aufnehmen einer i\^ehrzahl von 
Testtabletts derart aufweist, daS eine Mehrzahl von Testtabletts gleichzeitig zu dom Testab- 
schnitt transportiert warden kann. 
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58. Halblaitdrbaualemant-Testgerat nach Anapruch 57« daa weiterhin einen Be- 
schickungsabschnitt zum Transportieren und Umsatzen von Halblaitarbauaiementen zu einem 
und auf ein Testtablett und ainen Entladeabschnitt zum Aufnahmen und Sortieren von getesteten 
Halbleitarbauelementen auf der Grundlage der TestGrgebnisse umfa&t, und bei dam sowohl der 

s Beschictcungsabschnitt als auch der Entladeabschnitt jeweils mit einer Vartilcattransporteinrich- 
tung versehen ist, die so ausgeblldet ist, da& sie eine Mehrzahl von Testtabfetts in der ^xm 
eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwtschen zwei gestapelten Tabtatts batten 
kann, wobei Jede zum Halten von Testtabletta dienande Stufe dar Vertikaltranaportelnrichtung 
einen Raum zum Auf nehmen eines Testtabletta umfaBt. 

10 

59. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspaich 57, das weiterhin einen Be- 
schickungsabschnitt zum Transportieren und Umsetzen von Halblelterbauelementen zu einem 
und auf ein Testtablett sowie einen Entladeabschnitt zum Aufnahmen und Sortieren von 
getesteten Halblelterbauelementen auf der Grundlage der Testergebnlsse umfa&tr und be! dem 

15 sowohl der Beschickungsabschnitt als auch der Entladeabschnitt jeweils mit einer 
Vertikaltransportelnrichtung versehen ist, die so ausgebildet ist, daS sie eine Mehrzahl von 
Testtabfetts in der Form eines Stapels mit einem vorbestimmten Abstand zwlschen zwei 
gestapelten Tabtetts halten kann, wobei jede zum Halten von Testtabletts dienende Stufe der 
Vertikaltransportelnrichtung einen Raum zum Aufnehmen einer i^^ehrzaht von Testtabletts 

20 aufwelst. 

60. Halbleiterbauelement-Testgerdt nach einem der Anspruche 57 bis 59, bei dem etn 
Testkopf an der Oberseite der Konstanttemperaturkammer angebracht ist, und bei dem dann, 
wenn eine Mehrzahl von Testtabletts, die auf jeder, zum Halten von Testtabletts dienenden 

23 Stufe der in der Konstanttemperaturkammer befindllchen Vertikattransporieinrtchtung angeordnet 
sind, durch die in der Konstanttemperaturkammer befindliche Vertikaltransportelnrichtung bis zu 
der obersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe angehoben worden sind, eine vorbe- 
stimmte Anzaht von Halbteiterbauelementen aus denjenigen Halblelterbauelementen, die auf der 
Sy/lehrzaht von in der obersten, zum Halten von Testtabletts dienenden Stufe befindiichen 

M Testtabletts angeordnet sind, mit an dem Testkopf angebrachten Bauelementsockein in 
elektrische Verbindung bringbar sind, wobei die Bauelementsockel nach unten gewandt sind. 

61. Halbleiterbauelement-Testgerit nach Anspruch 58 oder 59, bei dem jede der zum 
Halten von Testtabletts dienenden Stufen der in der Konstanttemperaturkammer befindiichen 

3s Vertikaltransportelnrichtung einen Raum zum Aufnehmen einer iVAehrzahl von Testtabletts in 
einer Reihe aufweist, wenn die Testtabletts von dem Beschickungsabschnitt her eingefChrt 
werdan, wobei die Mehrzahl von Testtabletts, die aufeinanderfolgend von dem 
Beschickungsabschnitt her eingefOhrt werden, entweder auf der obersten oder auf der untersten, 
zum Halten von Testtablens dienenden Stufe der Vertlkaluansporteinrichtung angeordnet 

a werden, wonach sie mit Ausnahme des zuletzt eingefuhrten Testtabletts sukzesstve in einer 
Richtung transportiert werden, die rechtwinklig zu ihrer EinfOhrungsrichtung verliuft, wobei das 
zuletzt eIngefQhrte Testtablett so beibehalten wird, wie as von dem Beschickungsabschnitt her 
eingefQhrt worden ist. 
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62. Testtabletts, die zur Verwendung bei dem Halbteiterbauelement-TestgerSt gefnd<& 
einem der AnsprOche 1 8 bis 36 geeignet sind, wobei jedes der Testtabletts einen rechteckfdrml- 
gen Rahmen umfaGt, bet dem einer der beiden sich gegenOberltegenden Rander mit einer 
Ausnehmungseinrichtung versehen ist und der andere der sich gegenubertlegenden Rander mit 
einer vorspringenden Einrichtung ausgestattet ist, wobei die Testtabletts dadurch integral 
miteinander verbindbar sind, daS die vorspringende Einrichtung eines der Testtabletts mit der 
Ausnehmungseinrichtung eines anderen Testtabletts in EIngriff gebracht wird. 

63. Testtabletts, die zur Verwendung bei dem Halbleiterbauelement-Testgerit gemaS 
einem der AnsprOche 1 8 bis 36 geeignet sind, wobei jedes der Testtabletts einen rechteckfSrmi- 
gen Rahmen umfafit, bei dem einer von zwei sich gegenuberflegenden Rdndern mft einer fOr 
verschwenkbaren EIngriff ausgelegten, vorspringenden Einrichtung ausgestattet ist und an dem 
anderen der sich gegenQberilegenden RSnder eine mit der vor^ringenden Einrichtung in EIngriff 
bringbare Ausnehmungseinrichtung vorgesehen ist, wobei die Testtabletts integral miteinander 
verbindbar sind, indem die fur den EIngriff dienende vorspringende Einrichtung eines der 
Testtabletts mit der Ausnehmungseinrichtung etnes anderen Testtabletts in Qngriff gebracht 
wird. 

64. Halbleiterbauelement-Testgerat nach einem der Anspruche 18 bis 36, dcKhirch 
gekennzelchnet, da& ein planenfdrmlges Element mit im wesentlichen quadratischer Form 
vorgesehen ist, das zwei Offnungen aufweist, die sich mit einem vorbestimmten Abstand 
zwischen ihnen gegenuberliegend ausgebildet sind und zum Aufnehmen von zwei Testtabletts 
ausgelegt sind, wobei jeweiis eines der Tesnablens in einer der dffnungen angeordnet wird, 
derart, daB die beiden Testtabletts gemeinsam mit dem plattenfdrmigen Element entlang des 
Testtablett-Transportpfads transportiert warden kdnnen. 
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